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ONSOz

Giliniimilizde firmalarin artan fikri miilkiyeti icerisinde patentlerin agirligr gittikce
yiikselmekte ve patentlerin degerlemesi onemli bir ihtiya¢ olarak gorilmektedir.
Ozellikle patentlerin nitel agidan degerlemesi anlamina gelen patent kalitesi ile ilgili
caligmalara literatiirde bir hayli az rastlanmakta ve iilkemizde de kayda deger bir
ornegi goriilmemektedir. Buradan hareketle, bu calismada amaglanan tilkemizde
patent alaninda basat bir rolil olan beyaz esya sektoriine ait Avrupa Patentleri i¢inde
2005-2015 yillar1 arasinda itiraza ugramis ve ugramamis patent tescillerinin patent
kalite kriterleri baglaminda anlamli bir fark olusturup olusturmadigini ortaya
koymaktir.

Bu caligmanin ortaya ¢ikma ve tamamlanma siirecinde is arkadaslarim olan, hem
arastirma icin bana yon veren hem de yogun mesaisi i¢inde zaman ayirarak bilgi,
birikim ve Ozverisiyle buylk rol oynayan Dogukan KAHRAMAN’a, patent
konusunda sayisiz sohbetler ettigimiz ve ufkumu agan Samed YUMRUKCU’ya,
degerli goriislerini ve calistigim firmamin olanaklarini benle paylasan Volkan
HAMAMCIOGLU ve Giiler AYYILDIZ DALMA ’ya, teze son halini verirken degerli
katkilar sunan yakin arkadasim Sergen Berkay KOSE’ye tesekkiirlerimi sunarim.

Tez siirecinde daha yakindan tanima sans1 buldugum ve patent konusunda disiplinli
diistinmeyi bana 6greten, devamli nazik ve yapici yaklasimiyla tezi yazma konusunda
beni motive eden ve sahip oldugu engin bilgi birikimle bu caligmanin ortaya
cikmasinda en biiylik pay sahiplerinden biri olan tez danismanim degerli hocam
doktora &gretim Uyesi Ozgiir OZTURK e en icten saygilarimi ve tesekkiirlerimi
sunarim.

Ayrica, caligmay1 hazirlarken arastirma kisminda hizli anlayisi ve hosgoriisiiyle
katkilarin1 sunan okulumuzun degeli hocalarindan Dog. Dr. Tolga KAY A’ya tesekkiir
etmeyi bir borg bilirim.

Haziran, 2020 Ekrem Ayhan CAKAY
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BAV(V}IMSIZ ORNEKLEM TESTIYLE PATENT KALITE KRITERLERI
DEGERLENDIRMESI: BEYAZ ESYA SEKTORUNDE BiR UYGULAMA

OZET

Giliniimilizde firmalarin artan fikri miilkiyeti icerisinde patentlerin agirligr gittikce
yiikselmekte ve patentlerin degerlemesi onemli bir ihtiya¢ olarak goriilmektedir.
Ozellikle patentlerin nitel agidan degerlemesi anlamina gelen patent kalitesi ile ilgili
caligmalara literatiirde bir hayli az rastlanmakta ve iilkemizde de kayda deger bir
ornegi goriilmemektedir. Buradan hareketle, bu calismada amacglanan iilkemizde
patent alaninda basat bir rolii olan beyaz esya sektorlne ait Avrupa Patentleri igcinde
2005-2015 yillar1 arasinda itiraza ugramis ve ugramamis patent tescillerinin patent
kalite kriterleri baglaminda anlamli bir fark olusturup olusturmadigini ortaya
koymaktadir.

Bu amaci gergeklestirmek igin literatiirde yer alan objektif ve siibjektif patent kalite
kriterleri ile uzman goriisleri tartisilmig, beyaz esya sektoriiniin patent baglaminda
karakteristigi incelenmistir. Sonug olarak, bir takim objektif kalite kriterleri lizerinden
ana lirlin gruplar1 olan buzdolabi, bulasik makinesi, yikayici/kurutucu ve firma ait
teknoloji siniflart iginde itiraza ugramis veya ugramamis patent tescillerinin ortalama
degerleri kiyaslanarak bazi egilimler tespit edilmektedir. Yontem olarak veri
gruplarinin homojen varyansa sahip olup olmadiklar1 Levene testi ile tespit edilmis,
bagimsiz iki grubu kiyaslamak i¢in varyans homojenligine gdre 28 ayri hipotez
kurularak bagimsiz orneklem t-testi yapilmistir. Her hipotezin anlamlilik sonuglar
dogrultusunda birtakim gézlemlerde ve ¢ikarimlarda bulunulmustur.

Arastirma bulgularina gore dort tirlin grubu icerisinde en fazla iiriin grubunda anlaml
cikan kalite kriteri ilk istem kelime sayis1 (3) olmakta ve istem sayisi, tescile kadar
gegen siire, ileri atif sayis1 ve teknoloji sinif genisligi kriterlerinin hepsi aynm sayida
(2) anlaml sonuglar vermektedir. Ote yandan iiriin grubu bazinda baktigimizda yedi
kalite kriteri de buzdolab1 iirlin grubunda itiraz ugrayan ve ugramayan patentler
agisindan anlamli bir fark yaratmamaktadir. Firin {iriin grubu i¢in de sadece ilk istem
kelime sayis1 ve ileri atif sayisinin anlamli ¢iktig1 benzer bir durum olusmaktadir. Buna
karsin yikayici/kurutucu kategorisinde tiim kalite kriterlerinin itiraz durumu
bakimindan anlamli fark yarattig1 goriilmektedir. Bulasik makinesi iiriin grubu ise ileri
atif sayisi1 kriteri hari¢ diger tiim kriterlerde anlamli fark yaratmaktadir. Bir genelleme
olarak bu ornekleme bagl tiim iirlin gruplar igerisinde itiraz orani beyaz esya
sektoriiniin altinda olan buzdolabi ve firmn iirlin grubunda hipotezlere dair anlamli bir
kanit yok iken itiraz orani beyaz esya sektoriiniin iistiinde olan bulasik makinesi ve
yikayicr/kurutucu i¢in anlamli kanitlar bulunmaktadir. Ayrica buzdolabi iiriin
grubunun diger iiriinlere kiyasla tescil/bagvuru oraninin en diisiik olmasi da bu durumu
yaratan bir bagka etken olarak gosterilebilir.
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EVALUATION OF PATENT QUALITY CRITERIAWITH INDEPENDENT
SAMPLE TEST: AN APPLICATION IN THE WHITE GOODS SECTOR

SUMMARY

The weight of patents is rising day by day in the increasing intellectual property of
companies and the valuation of patents is seen as an important need. In particular,
studies on patent quality, which means qualitative valuation of patents, are quite rare
in the literature and there is no significant example in our country. From this point of
view, the aim of this study reveals whether the granted patents, which had a prominent
role in the field of patents in the European patent belonging to the white goods sector
between 2005 and 2015, made a significant difference in the context of the patent
quality criteria.

In order to realize this aim, the objective and subjective patent quality criteria in the
literature and expert opinions were discussed, and the characteristics of the white
goods sector in the context of the patent were examined. As a result, some trends are
revealed by comparing the average values of patent registrations, which have been or
have not been contested in the technology classes of refrigerator, dishwasher, washer
/ dryer and oven, which are the main product groups over a number of objective quality
criteria. As a method, whether or not the data groups have homogeneous variance was
determined by Levene test. In order to compare two independent groups, 28 different
hypotheses were established according to variance homogeneity and independent
sample t-test was performed. In line with the significance results of each hypothesis,
some observations and inferences have been made.

According to the research findings, the quality criterion that makes the most significant
product group among the four product groups is the first claim word count(3) and the
number of claims, grant lag, the number of forward citations and the technology class
width criteria all give the same number(2) significant results. On the other hand, when
we look at the product group basis, all seven quality criteria do not make a significant
difference in terms of patents that are opposed and not opposed in the refrigerator
product group. For the oven product group, a similar situation occurs where only the
first claim word count and the number of forward citations are significant. However,
it is seen that all quality criteria in the washer / dryer category make a significant
difference in terms of opposition status. The dishwasher product group, on the other
hand, makes a significant difference in all other criteria except for the number of
forward citations. As a generalization, while there is no significant evidence for
hypotheses in the refrigerator and oven product group, the opposition rate of which is
below the white goods sector, there is significant evidence for the dishwasher and
washer / dryer with an opposition rate above the white goods sector. In addition, the
lowest rate of grant / application in the refrigerator category can be shown as another
factor that creates this situation.
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1. GIRIS

Smai miilkiyet haklari, rekabetin yliksek oldugu 6zel sektérde soyut olan bilgiyi bir
meta haline getirmekte ve hem sirket biiylimelerinde hem karlilik oranlarinda gittikce
onem kazanmaktadir. Bilgi temelli ekonomiler icerisinde katma deger yaratirken
patent konusu bilhassa 6nem kazanmaktadir. 2000’11 y1llarin basindan itibaren internet
caginin bir getirisi olarak sirketler daha da uluslararasi hale gelmekte ve birgok tilkede
rekabet glcl elde edebilmek igin patentleri tekel yaratma veya rekabette gelir getiren
bir modele ¢evirme gibi finansal bir ara¢ olarak kullanmaktadirlar (Sézer, 2008,

BSIim 1).

Son yillarda sirketlerin artan patent portfoy biiytikliikleriyle beraber patent tescillerini
nitel olarak degerleme ihtiyaci bas gostermektedir. Patentin kalitatif gostergeleri
konusunda pek ¢ok calisma bulunmakta yani sira bircok goriis ayriligi ve belirsizlik
de gozlenmektedir. Bu ¢alisma ile fikri miilkiyet farkindaliginin diger sektorlere gore
yiiksek oldugu diisiiniilen beyaz esya sektoriinde patentin niteli§ine dayali
gostergelerden faydalanilarak itiraza konu Avrupa Patenti (EP) tescillerinin degerli
oldugu varsayimiyla itiraza ugramamis patent tescillerine kiyasla ayristig1 6zellikleri
tespit ederek birtakim egilimleri ortaya g¢ikarmak amaglanmaktadir. Ozellikle
rekabette somut olarak kullanilabilecek ve deger yaratabilecek patent tescillerinin
beyaz esya sektoriinde dnceden tespiti ve sirket i¢i portfdy yonetimi konusunda
literatiirde ¢ok az sayida calismaya rastlanmaktadir. Dolayisiyla, beyaz esya
sektoriinin karakteristik 6zelliklerinin analiz edilerek patent kalite Kriterlerine
uyarlamak ve bunlarla ilgili birtakim temellendirmeler yapabilmek hem Tiirkiye hem
Avrupa’da rekabet eden firmalarin patentleme stratejileri agisindan biiylik 6nem arz
etmektedir. Bu ¢alismada beyaz esya sektori iginde kalite olgiitii halka agik veri olan
EPO iizerinden yapilan patent tescil itirazlar1 olarak belirlenmektedir. 2005-2015
yillart arast beyaz esya sektoriindeki EP patentlerinin kalite degerlendirmeleri de bu

ol¢iit lizerinden yapilacaktir.

[lk olarak ikinci béliim igerisinde patent kavrami ve patent korumasinin islevi ile ilgili

bilgiler verilerek patentlenebilirlik, patent tescil suregleri ve temel patent terimleri



islenecektir. Uglincli boliimde patent degerlemesi ve dnemi, patentin degerlemesinde
iki ayr1 yontem olan nitel ve nicel degerleme hakkinda literatiirdeki bilgilerle
desteklenen bir 6zet anlatim yapilacak, daha da detaya inilerek patent kalitesi ve patent
degeri tanimlanarak aralarindaki fark tartisilacaktir. Buna bagli patent kalitesine iligskin
hem objektif ve siibjektif kalite kriterleri olduk¢a detayli incelenecek ve Onceki
caligmalarin ogretileri 1518inda ve nedensellik igerisinde birtakim ¢ikarimlar da
yapilacaktir. Dordiinci bolimde ise beyaz esya sektoriine genel bir bakis yapilip diinya
ve Turkiye genelinde karakteristik Ozellikleri tanitilacak, patent baglaminda beyaz
esya sektorii dinamikleri ele alinacaktir. Daha sonra, Tiirkiye’de patent baglaminda
yapilan beyaz esya sektorii ¢alismalarina da deginilecektir. Avrupa Patentleri ve beyaz
esya sektorlinlin her iiriin grubu bazinda kisa analizleri yapilarak, birtakim kalite
kriterleri Ozelinde de Avrupa Patentleri tablo ve sekiller iizerinden verilerle
incelenecektir. Arastirma kisminda ise 2005-2015 yillar1 arasinda Avrupa Patent Ofisi
Uzerinden itiraza ugramis ve itiraza ugramamis patentler arasinda bir takim objektif
kriterlerin literatiirdeki ogretilerle anlamli sekilde uyusup uyusmadigi bagimsiz
orneklem t-testi vasitasiyla test edilecek, ¢ikan test sonuglari onceden yapilan birtakim

analizlerle anlamlandirilmaya galisilacak ve bazi 6nerilerde bulunulacaktir.



2. PATENT KAVRAMI VE PATENTLERIN ONEMIi

Giliniimiiz diinyasinda smai miilkiyetin maddi olmayan varliklar igerisinde aldig1 pay
giderek artmakta ve firmalarin rekabet giicii agisindan patent korumalar1 bir hayli
onem tagimaktadir (Sozer, 2008). Bu boliimde patent konusunda bir tanitim yapilarak
patent kavrami, patent korumasinin islevi, patentlenebilirlik kriterleri, patent
belgesinin boliimleri, patentlerin iilkesel korunmasi, tescil siireci ve patent dokiiman
cesitleri pratik ornekler ve teorik bilgiler esliginde en kisa ve 6z bicimde anlatilmaya

calisilacaktir.

2.1. Patent Kavrami

Latince “agik olmak” manasinda kullanilan “patere” kelimesinden tiireyen patent
kavrami insan aklinin iiriinlerini ve teknik terimlerle agiklanan insanin yaratict fikri
olarak ifade edilebilen bulus koruma seklidir (Kaya,1997; Baxter ve Sinnot, 1995).
Dolayisiyla, bulus kavrami anlagilmadan patent kavramimin da anlasilamayacagi

asikardir.

Bulus bir kuramin neden oldugu veya ortaya koydugu, yenilik niteligine sahip, teknik
alanda ilerleme saglayan bir ¢oziimdiir (Tekinalp, 2005). Teknik bir sorunu ¢6zen
teknik bir ¢dziim bulus olarak tanimlanmaktadir. Ornegin, bir iitii {izerinde yer alan ve
itliniin hareketini algilamay1 saglayarak litliyli otomatik kapatmayr saglayan ivme
Olcer bulusu iitiinlin kullanici tarafindan yatay pozisyonda birakilarak olusabilecek
yanma ve yaralanma gibi teknik bir sorun olan giivenlik tarafini1 ¢6zmekte ve teknik
bir ¢cozum getirmektedir. Fakat Utli Uzerinde yer alan ve estetik olarak {itiiniin géze hos
gelmesini saglayan bir tutamak tasarimi teknik bir sorunu ¢6zmemekte ve bulus olarak
degerlendirilememektedir. Ote yandan estetik forma sahip teknik bir sorunu ¢dzen
buluslar da gosterilebilmektedir. Bir camasir makinesi tamburlar1 {izerinde yer alan
kanatlarin tasarimi it tutamagi tasarimindan farkli sekilde ¢amasirlarin yipranarak
yikanmasi teknik problemini azaltmakta ve estetik bir tasarim olmasina ragmen teknik

bir ¢oziim getirerek bulus 6zelligi kazanmaktadir.

Patent devletler tarafindan taninan yasal bir haktir. Patentlerle ilgili olarak dgrenilecek

ilk ve en temel kavram, patentlerin patent sahibine bulusu uygulama hakkim



vermemesi, bunun yerine yalnizca digerlerinin bulusu uygulamasini énleme hakkini
saglamasidir (Baser, 2004, s. 1). Patent sahibi bulusunu, yalnizca almasi gerekiyorsa
kamu otoritelerinden gerekli izinleri almasi ve bagkasina ait gecerli bir patenti ihlal
etmemesi kosuluyla uygulayabilir. Patent, genel olarak patent sahibine izni olmaksizin
s0z konusu patentin kullanilarak ticari amagli tiretim, satis, dagitim, kullanim, ithal
veya ihra¢ etme fiillerinin 6nlenmesini talep etme hakki vermektedir (SMK, 2017,

madde 85).

Omek olarak, Tiirkiye smirlar1 icerisinde yer alan bir otomotiv iireticisinin
otomobillerde kullanilmak {izeri tasarladigi radyatér bulusu igin aldigi Tirkiye
icindeki patent korumasi ile bu radyatoriin Tiirkiye sinirlart icerisinde bir baska kisi
tarafindan tiretimini veya ticari amacli kullanimini izni olmadigi i¢in engelleme hakki
bulunmaktadir. Dolayisiyla, ancak patent sahibinin rizasi oldugu miiddetce bu

teknolojik gelistirmeden baska sahislarca faydalanilabilecektir.

Ayni sekilde bir arastirmacinin yeni bir ultrasonik sensor gelistirildigini duydugunu
varsayalim ve sensoOriin isminin de “Z” oldugunu diisiinelim. Ayrica arastirmaci igin
ticari agidan 6nem tasiyan seyin kahve makinesi oldugunu, ¢iinkii Z sensorii sayesinde
kahve makinesinin pisirim algilamasin1 yaptigim1 varsayalim. Arastirmaci, bir¢ok
farkli iilkede kahve makinesiyle kullanilmaya uygun olan ve kahve pisiriminin

algilanmasini saglayan Z sensoriiniin patentini alir.

Arastirmacinin bu patenti elde etmesinin uygulamadaki sonucu, patent aldigi tilkelerde
diger sahis veya sirketlerin Z sensoriiyle kullanilan herhangi tiirde kahve makinesinin
imal etmesini veya satmasini teorik olarak Onleyebilecek olmasidir. Pratik olaraksa
patent haklarii ihlal eden sahs1 dava etmesi ve mahkemenin de arastirmaciyr hakl
bulmas1 sonucu arastirmact patent sahibi olmasmin kendisine tanidigi hukuki
yaptirimlardan faydalanabilecektir. Bununla birlikte bu patent korumasi arastirmaciya
Z sensoriinli iceren kahve makinesi i¢in imalat veya satis hakki vermemektedir.
Arastirmaci, baskasina ait bir patenti ihlal etmedigi siirece, yasal zeminde Z sensorii
iceren kahve makinesi imal edebilir veya satabilir. Ote yandan, bir baska bulusgunun

Z sensoriine yonelik bir patenti oldugunu ve bu Z sensoriinii korudugunu varsayalim.

Eger arastirmaci Z sensorii kullanilan kahve makineleri {iretirse, bulusgunun Z
sensorine yonelik patentini ihlal etmis olur. Buluscunun patentinin koruma kapsami

aragtirmacinin iretim hakkini da igine almaktadir. Dolayisiyla, arastirmacinin Z



sensoriinii kullanarak kahve makineleri iiretmek istemesi halinde, Z sensorii bulusunu

koruyan bulusg¢udan ticari olarak izin almas1 gerekmektedir (Baser,2004).

Kisacasi, patentin verdigi koruma kapsami patente konu bulustan ticari olarak fayda
saglayabilecek patent sahibi disindaki T{giincii sahislara karst hukuki sonug

dogurmaktadir.

2.2. Patent Korumasinn islevi

Patentlerin islevini hem patent korumasinin gerek¢esi hem de kullanim amaci
iizerinden okumak miimkiindiir. Patentlerin ortaya ¢ikma nedenleri bulunmakta ve
marka imaji1 yaratmaktan pazar payi biiyiitmeye kadar saldirgan veya korumaci
stratejilerle kullanilabilmektedir. Ozellikle s6z konusu saldirgan ve korumaci
stratejileri uygularken biiylik firmalarin rekabete karsi olusturdugu patent portfoyleri
on plana ¢ikmaktadir. Tanim olarak, bir bireyin veya sirketin sahip oldugu patentlerin
listesi olarak ifade edilen patent portfoylni yonetmek ve diger sirketlerle
karsilastirmak, patentlerin ekonomik degerini daha iyi belirlemeye ve rekabetci
kalmaya yardimci olmak i¢in gereklidir. Dahasi, patent portfoy yonetimi, firsat ve risk
faktorlerini (buytyen pazarlar veya alternatif teknolojiler) belirlemeye yardimci
olmaktadir (EPO, 2009).

2.2.1. Patent korumasinin gerekcesi
Patent korumasi, bir bulusun, kendisi, iiretim metodu, satisi, ithalati, ihracat1 veya
kullanimini miinhasiran ve belli bir siire bu hak sahibine verdigi bir devlet korumasidir.
Patentin gecerli oldugu siire boyunca, patente tabi olan hakkin kullanimi patent
sahibinin iznine tabi olmakta ve aksi durumda lisans alinmasini yasal bir zorunluluk
tutmaktadir. Patentin sagladigi hakkin kamuya mal olmasi i¢in koruma siiresinin

sonunun beklenmesi gerekmektedir.

Bu korumanin gerekgesi ile ilgili dort farkli tezin savunuldugu bir literatiir ¢aligmasi
bulunmaktadir (Machlup, 1958). Bunlardan ilki “Doga Kanunu” olarak gegen ‘“her
kisinin fikirleri iizerinde bir dogal miilkiyet hakki mevcuttur” ilkesini belirtmektedir.
Ikincisi “Odiil & Tekel” tezi olarak ge¢mekte olan “bir kisinin bir hizmeti karsihginda
odiil verilmesi gerekir” ifadesidir. Ugiinciisii ise “Tekel & Kar & Tesvik” tezidir. Eger
patent korumasi ile tekel kar1 garanti edilmezse, bulusgu veya yatirimci, bulus yapmak

icin ¢aba harcamayacak ya da para sarf etmeyecektir. Dordiinciisii ise “sirlarin degis-



tokusu” tezidir. Bu teze gore bir karighigini bulamadiginda buluscgular buluslarini sakl

tutma yoluna gidecektir (Akin, 2014, s. 4).

Dolayisiyla, patent sisteminin uygulanmasinin, yerel bulusgular veya firmalarin
arastirma — gelistirme bdliimleri tarafindan yapilan buluglarin artmasi, yerel buluscular
tarafindan yapilan buluglarin yabanci yatirimeilarin ilgisini ¢ekmesi, ayni sekilde
yabanci yatirimcilarin yerel firmalara lisans verme ya da ¢ok uluslu firmalarin iilkeye
yatirim yapmasi yoluyla hem teknoloji gelisiminin hem de ticarilesmenin artmasi,
gelismekte olan tilkenin de yayinlanan patent dokiimanlarindan yararlanabilmesi gibi
avantajlar1 mevcuttur(Odagiri ve dig., 2010). Daha da 6nemlisi, yabanci yatirimlar
bulusla ilgili lisans vermeyi ancak iilkede gii¢lii bir fikri miilkiyet rejimi varsa kabul
etmektedirler. Zayif koruma rejimlerinin oldugu iilkelerde, teknoloji sahibinin
bulusunu o iilkeye tanitmak, ithal etmek, yatirnm yapmak istemeyecegi agiktir.
Gelismekte olan {ilkelerde tersine mithendislik, ¢esitli dergilerde bilimsel verilerin
yayinlanmasi gibi yasal ya da yasal olmayan yollarla yeni iiretim siirecleri ve bilgilerin
Ogrenilerek taklit edilebilmesi miimkiin olmakta ancak giiclii fikri miilkiyet
korumalarinin uygulandig iilkelerde bu durumlarin uygulamasi pratik olarak miimkiin

olmamaktadir (Akin, 2014, s. 5).

Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Orgiitii’niin (OECD) ¢alismasina gore patentlerin ilk
politika amaci, ulusal teknolojik temeli ve ulusal bilimsel aragtirmay1 uyarma yoluyla
yeni teknolojilerin yaratilmasidir. Etkin bir patent sistemi, teknolojik yenilik siirecine

iic asamada yardimci olmaktadir (OECD,1997).

e Patent, bulugguya Ozellikle ar-ge yatirimlariyla ilgili ilk maliyetlerini
karsilamaya olanak taniyacak bir sekilde belirli bir siire bulusunu
miinhasiran kullanma hakki verir. Bu nedenden dolay:1 patent sistemi
yenilik ve arastirma faaliyeti i¢in bir uyarici etkisinde bulunur.

e Miinhasir kullanimi i¢eren zaman stireci, bulugun gelisimi i¢in uygun bir
iktisadi ¢evreyi yaratmay1 bulusguya garanti eder.

e Patent sistemi diinyanin en genis teknolojik bilgi deposunun toplanmasi,

siiflandirilmasi ve yayilmasi i¢in bir ¢ergeve olusturur.

OECD’nin ¢alismasina gore patentlerin ikinci politik amaci, teknolojinin daha genis
yayilim ortami bulmasidir. Bu, patent siiresinin ni¢in sinirli ve yenilenemez olmasi

gerektigine agiklik getirdigi gibi, bir bulus ve 6zellikle de sinai uygulamanin bagvuru



aninda agiklanmasi zorunlulugunu da ortaya koymaktadir. Baska bir deyisle patentler
dokiiman olarak yayimlanarak en miikemmel teknolojik bilgi kaynaklar1 ve en kolay

erisilebilir bulus basamaklar1 halini almaktadir (OECD, 1997).

2.2.2. Patentin kullamim amaci
Smai miilkiyet haklarinin en 6nemli tiirlerinden birisi olan patent, bulus sahibine
sagladig1 korumanin yani sira patent belgelerinde yer alan mevcut bilginin topluma
aciklanmasi sayesinde teknolojik gelismeye de katki sunmaktadir (Caliskan, 2011,
Boliim 1). Son donemlerde, basta gelismis iilkeler olmak {izere tiim diinyada daha fazla
onem kazanan patentlerin kullanim alanlarinda da bazi degisiklikler olmaktadir.
Patentler, bulus sahibine tekelci kullanim hakki saglamalarinin yani sira son yillarda
gelir akis1 saglayan bir yatinm araci olarak finansal bir arag gibi de

kullanilabilmektedir (S6zer, 2008, Bolim 1).

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda yapilan buluslar i¢in patent alinmasinin bagvuru sahibine
ve kamuya yonelik yan faydalar1 da bulunmaktadir. Bagvuru sahibi, patentini aldig:
bulusu {izerinde belirli bir siire boyunca bazi 6zel haklara sahip olmakta ve bu sayede
ar-ge faaliyetleri i¢in harcadig1 zamanin, emegin ve ekonomik harcamalarin karsiligin
alabilmektedir (Taysi, 2012, Bolim 11). Dahasi, patentler pazarlanabilir buluslar i¢in
maddi getiri elde ederek insan yasaminin kalitesini artiran birtakim yeniliklerin tesvik

edilmesini saglamaktadir (WIPO, 2018, Boliim 5).

Patentin ne ¢esit bir varlik amaci1 olduguna dair bir baska tarif, patent sahiplerinin bir
bulusun nasil yapilacagina iliskin talimatlarin1 “tarifnamelere” kaydederek miilkleri
haline gelecek olan hayali nesneyi sinirlandirmakta oldugudur. Bulus fiziksel bir forma
sahiptir ancak bulusun teknik o6zelliklerinden kaynaklanan koruma kapsami sinirlari
bulusun tarifnamesinde tarif edildigi sekilde ¢izilir ve patent sahibine fiziksel hayatta
kullanimi olan fakat fiziksel olmayan yasalarla koruma altinda bir varlik saglar (WIPO

Journal, 2015).

Yapilan bir diger ¢aligmada 142 firmanin sahibi oldugu yaklasik 10.000 patentlik bir
portfoyii elinde tutan yoneticilerle anket sonucu patentlerin engelleyici ve kullanimda
olanlar olarak genelde ikiye ayrildig1 ve bunlarin portfoy igerisindeki dagilimlarinin
istatistiki olarak degerlendirildigi ortaya konmaktadir. Firmalarin %49,1’1
patentlerinin %20’den azin1 engelleme amagcli, firmalarin %35,6’s1 da patentlerinin

yine %?20°’den azim1 kullanim amach kullanmaktadir. Arastirmaya gore sirketler



patentlerinin cogunu kullanimda tutmakta ve firmalarin %801
patentlerinin %10’undan daha azindan gelir elde etmektedir. Tipik olarak, patent
portfoyli zengin sirketlerde dahi patent ticari amaglarin disinda kullanilmaktadir

(Gassmann ve dig., 2008).

Sonug olarak hem pratik hem teorik ¢alismalarda patentin varlik amacinin ¢ok ¢esitli
olabilecegini ve genellikle firma ve piyasa sartlarina gore sekillendigini soylemek

mumkuindiir.

2.3. Patentlenebilirlik Kriterleri

Bir bulusun patentlenebilirlik kriterleri genel olarak ii¢ ayri kategoride
incelenmektedir. Bunlar yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve bulus basamagidir
(SMK, 2017, madde 82).

2.3.1. Yenilik
Bir patentin alinmasi igin ilk gereksinim, bulusun “yeni” olmasidir. “Yeni” terimi
farkl iilkelerde farkli bicimde degerlendirilse de yararli baz1 genel kurallar vardir.
“Yenilik” bulusun daha 6nce bilinmemesi anlamini tagimaktadir. Cogunlukla bu,
bulusun yazili bir kaydi bulunmamasi ve bulusun kamuya agiklanmamis olmasi

anlaminda kullanilir.

Diinyadaki birgok iilke “mutlak yenilik” {ilkesi olarak gegmektedir. Diger bir ifadeyle,
patent bagvurusunun resmi isleme konulmasindan dnce yazili veya baska bir bigimde
bulusun agiklanmasi mucidi bulusu i¢in gegerli bir patent almaktan menedecektir.
Yeni olmayan bir bulus i¢in yanlislikla patent verilmesi halinde, mahkemeye gidilerek
patentin gegersizligi istenebilir. Ornegin bulus bir fuarda halka agiklandiktan bir giin
sonra patent basvurusu yapilmigsa bu basvuru yeni sayilmayacaktir. Fuardaki
sergileme gozden kagirilarak patent verilmisse bu bilgi, patentin mutlak yenilik arayan
ulkelerden birinde gegersiz hale getirilmesi amaciyla kullanilabilir (Baser, 2004, s. 5).
Baz iilkeler ise “mutlak yenilik” kavramini yalnizca kendi simurlari igerisinde
kullanmaktadir. Bunun anlami, bulusun iilke disinda basit bir bigimde a¢iklanmis
olmasinin, bulusun yeniligine zarar vermemesidir. Ancak Avrupa ve Turk
mevzuatinda diinya ¢apinda yenilik kabul edilmistir. Diinyanin herhangi bir yerinde

herkesin ulasabilecegi sekilde yazili, sozlii ya da baska bir yolla agiklanmamis veya



kullanilmamis olan, teknigin bilinen durumuna dahil olmayan buluslar yeni olarak

nitelendirilmektedir (TPMK, 2017a, bolim 4).

Patentte yenilik aranmasinin sebebi genel olarak patent korumasinin verdigi ve
bulus¢u tarafindan kullanilan engelleme hakkinin karsiliginda bulusgu tarafindan
topluma yeni 6zelligi tasiyan bir gelistirme vermesi beklentisidir. Bir diger deyisle,
yeni olmayan bir bulusun diger sahislara kars1 sonu¢ dogurmasi otoritenin temel amaci

olan teknolojik gelistirmelerin tesvik edilmesi ve artirilmasi felsefesi ile ters diisecektir.

Yeni olmayan bir bulus, zaten ya toplumun malidir ya da bu bulus {izerinde bir
baskasinin tekel hakki vardir. Eger yeni olmayan bir bulusa patent verilseydi, bu patent
iki durumda haksizliga neden olurdu. Zaten toplumun mali olan bir bilgiye patent
verilmesi durumunda, patent sahibinin haksiz kazan¢ saglamasi ve toplumun zarara
ugramasiin yolu agilirdi. Bir bagkasinin sahip oldugu bulusa patent verilmesi
durumunda ise, bu kisinin hakk: ihlal edilmis olurdu. Dolayisiyla yenilik sartinin,
zaten herkes tarafindan bilinen bir bilginin patentle korunmasini engellemek ve bulus
sahibi ile toplumun ¢ikarlar1 arasindaki dengeyi saglamak gibi islevleri vardir (Sarag,

2001, s. 192-193).

2.3.2. Sanayiye uygulanabilirlik
Patent alinmasi yolunda ikinci gereksinim, bulusun sanayiye uygulanabilir olmasidir.
Bulusun fizik, kimya veya biyoloji kanunlartyla teknik olarak acgiklanabilmesi olarak
da diisiiniilebilir (Oztiirk, 2008). Bulusun uzman kisi tarafindan yapmaya olanakl
olmas1 ve gercek hayatta uygulanabilir bicimde agiklanmasi gerekmektedir. Bagvuru
sahipleri en genis koruma kapsami almak amaciyla bulusunu acgik ve net anlatmaktan
kacinabilir ve patent ofisi bu durumda diizeltme isteyebilir. Diger yandan bu kriterden

reddedilen patent bagvurusu yok denecek kadar az olmaktadir.

2.3.3. Bulus basamag
Ucgiincii gereksinim, bulus basamagidir. Bulus basamagi degerlendirmesinde bulusun
teknik alandaki uzman kisi bakimindan asikar olup olmadig1 sorusunun cevabi aranir.

Bulus, gecmis buluglarin veya teknolojinin agik bir uzantisi biciminde olmamalidir.

Teknigin rutin gelismesi yoniindeki degisikliklere ya da iyilestirmelere patent
verilmesi toplumun gelismesi 6niinde engel teskil eder. Teknigin bilinen durumunun
iizerinde yapilacak c¢ok kiiciik degisikliklerin patent ile 0Odiillendirilmesinin

ekonominin isleyisi lizerinde olumsuz etkileri olacagi agiktir. Ayrica, toplumun zaten



bildigi bir seyin asikar versiyonuna patent vermenin hakkaniyete uygun olmadigi da
soylenebilir. Dolayisiyla, patent sistemlerinde bulus basamagi sartinin bulunmasinin
onemli bir gerekgesi de asikar olan yeniliklere patent vermeyerek toplumun geneline

yayilan arastirma faaliyetlerini tesvik edilmesidir (Oztiirk, 2008, s. 249).

Bulus basamagi, bir patent bagvurusunun takibinde {izerinde en fazla tartigilan
gereksinimdir. Patent ofisi, bulus olarak istemde bulunulan seyin 6nceki patentlerde
de Onerilip 6nerilmedigini veya teknoloji alaninda vasifli bir bireyin en yakin gecmis
patenti okuyarak bulusu mantiksal olarak gelistirip gelistiremeyecegini degerlendirir.
Bir diger deyisle, bulus iddiasinin teknikte uzman ig¢in basvuru tarihi itibariyle asikar
olup olmayacagi degerlendirilmektedir. Bu degerlendirme sonucunda patent ofisi
bulusu diger bir teknolojinin normal bir optimizasyonu seklinde de degerlendirebilir

(Bager, 2004, s. 5).

Bu kriterde aranan kistas bir bulusun genel olarak toplumda sahip oldugu bilgilerin
toplaminin tizerine yararhi bir sey eklemesi gerekliligidir (Alper, 2011). Yenilikten
farkli olarak toplumun bilgisine sunulan bilginin 6tesinde birtakim niteliklere sahip
olup olunmadig1 sorgulanmaktadir. Teknigin bilinen durumunun asilip asilmadiginin
belirlenmesinde aranan sart, siradan ve ortalama bilgide bir kimsenin degil, bulusun
ilgili oldugu teknik alandaki bir uzmanin bilgisidir. Bu uzmanin diizeyi agik¢a
tanimlanmamustir. S6z konusu uzman, bulusun ilgili oldugu teknik alanin ne siradan
bir uzmani ne de en iist diizeyde yer alan bir otoritesidir. Bu kisi en tepelerdeki bir
otorite olmasa bile alanindaki sayili uzmanlar arasinda yer almalidir. Bu uzman, bulus
ile ilgili olan teknik alandaki yaymlari izleyen ve gelismelerden haberdar olan bir kisi
olmalidir. Bulus, ancak bdyle bir uzmanin bilgisi dahilinde olan teknigin bilinen

durumunu asmissa bulus basamaginin varligi kabul edilebilir (Tekinalp, 2005, s. 503).

2.4, Patent Belgesinin Bolumleri

Her iilke bagvuru sahibinin patent basvurusunda yer vermesi gereken icerigi
belirlemektedir. Bunlar; 0zet, tarifname, en az bir adet istem, resimlerden olusan yazili
bir aciklama ve patent istendigine dair beyan, basvuru sahibi, bulus sahibi vb. ile ilgili
bildirim gibi resmi belgeleri igermektedir (TPMK, 2017a, s. 6). Ayrica basvuru Ucreti
O0denmeksizin basvuru tamamlanmis sayilmamaktadir. Fakat patent basvurusuna
iliskin ofis tescil karar1 verdigi durumlarda patent belgesinin igerdigi temel bdliimler

son halini almaktadir. Bunlar; 6zet, tarifname, istemler ve resimlerdir (TPMK, 2017a).
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2.4.1. Ozet
Patent belgesinin ilk kismi 6zettir. Ozet 50 ila 150 kelimeden olusur ve bulus hakkinda
genel bilgi verme amacina hizmet eder. Bunun i¢in tarifname, istemler ve eger varsa
resimlerde bulunan temel ozellikleri igerir; bulusun iligkili oldugu teknik sahayi
belirtir. Bulusun ¢6zmeye ¢alistig1 teknik problemin ve bulusun getirdigi ¢6zlimiin net
bicimde anlagilmasini saglar (Aksoy, 2013, s. 64). Kisacasi, tarifname takimin
tamamen okumadan da bulus konusu hakkinda ylizeysel bilgi edinebilecegimiz

bolimddr.

2.4.2. Tarifname
Kanun koyucu bulusun patent bagvurularinda teknik alandaki uzman kisi tarafindan
uygulanmasina olanak verecek derecede agiklikla tanimlanmasini dngdrmiistiir. Bu
yolla patent sistemi araciligiyla toplumun bilgi havuzunun zenginlestirilmesi
amaglanmistir. Tarifname patent sisteminin bu fonksiyonunu icra etmesinde 6nemli
bir rol oynar. Tarifname genel hatlariyla, bulusu kisa bir sekilde aciklayan “bulus
baslig1” kismi, bulusun bagli oldugu konuyu anlatan “ilgili teknik alan” kismi, bulusun
ilgili oldugu alandaki teknigin bilinen durumunu da agiklayarak arastirma ve
incelemeye yon veren “bilinen teknik” kismi ve istemlerde talep edilen korumanin
detayli olarak aciklandig1 ve teknik faydalarin da yer aldigi, resimlere yer verilmigse
bunlarda yer alan pargalarin numaralandirilarak agiklandigi “bulusun agiklanmasi”

kisimlarini igermektedir(SMK Y6netmelik, 2017, madde 51).

2.4.3. Istemler
Bir patent bagvurusundaki istemler sahip olunmak istenen sinai miilkiyetin yasal bir
aciklamast seklindedir. Yayimlanan patent basvurularindaki istemler, tescile yonelik
yayimdan once degistirilebilir (Baser,2004). Tescil yaymina kadar ilk verilen bagvuru
dosyas1 ile yetkili ofisteki uzman arasinda istemlerin koruma kapsamiyla ilgili
patentlenebilirlik kriterleri uyarinca bir uzlagma saglanmaya calisilir. Tescil
yayinindan sonra istemlerin kapsami sabitlenir ve hak sahibinin korudugu bulus son
halini alir. Dolayisiyla iigiincii kisi veya kurumlara kars1 sonug dogurur. Istemlerin
koruma kapsamlart patent ofisinin yonlendirmeleri sonucu daralabilir veya

detaylandirilabilir. Daha detayl bilgi ilerleyen kisimlarda verilecektir.
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2.4.4. Resimler
Patent belgesinin son kismini resimler olusturur. Resimler de bulusu agiklarlar ve

tarifnameyle birlikte bulusun yorumlanmasinda kullanilirlar (TPMK, 2017a).

2.5. Patent ve Ulkesellik

Patent korumasinda 6nemli konulardan biri patentin iilke hiikiimetleri tarafindan
verilen bir hak oldugu ve her iilkenin kanunlari digerlerinden farkli oldugu i¢in, patent
yasalarinin diinyadaki her iilkede farkli olmas1 sonucunun ortaya ¢ikmasidir (Oztiirk,
2008). Fakat iilkeler, bulus sahiplerinin patentleri kolayca resmi isleme koymasina
olanak taniyan is birligi anlagsmalarinin, patent ticreti seklinde ek gelir getirmesi ve
giiclii fikri miilkiyet yasalarinin is diinyasin1 bu iilkelere yatirim yapmaya tesvik etmesi
bakimindan yararli oldugunu anlamistir. Bu is birligi anlagmalar1 patent alinmasina
yonelik temel prosediir ve gereksinimlerin bazilarini birbiri ile uyumlu hale getirmistir,
ancak patent yasasinda {ilkeden iilkeye Onemli farkliliklar yine varligim

strdiirmektedir (Bager, 2004).

Ornegin Almanya’da alinan bir patent tescili Cin’de gegerli kilinmaz ise Cin’de
yapilacak iiretim ve satis i¢in bir bagka kisiyi engelleme hakki vermez. Buna karsilik
Cin’de tretilen ayn1 patentli tiriniin Almanya icerisinde herhangi bir ticari amagla
kullanimin1 engelleme hakkini verir. Dolayisiyla, bolgesel koruma cesitleri olmasina
karsin, patentlerin her lilke 6zelinde ayr1 ayri tescil ettirilmesi gerekmekte ve her

tilkenin fikri miilkiyet mevzuatina bagli korumalar elde edilmektedir.

2.6. Patent Tescil Streci

Patent bagvurularinin tescil almasi patent belgesinin tescillenmis istemlerinin
belirledigi koruma kapsami igerisinde bagvuru sahibine gerekli ticretler belirlenen
tarthlerde 6dendigi takdirde 20 yil boyunca tigiincii kisilerin kendi bulusunu ticari
amagcla kullanimini engelleme hakki anlamina gelmektedir (SMK, 2017, madde 101).
Bu tip bir korumanin saglanmasi igin her iilke, patent bagvurularinin degerlendirilmesi
ve patentlerin verilmesi amaciyla kendi patent ofisini kurar. Tahmin edilebilecegi gibi,
her bir patent ofisi kendi kurallarina, yonetmeliklerine ve prosediirlerine sahiptir. TUm

patent ofisi islemleri nihai olarak ulusal mahkemelere tabidir.

Patent siirecleri genel olarak uluslararasi organizasyonlarin ve devletlerin guivencesi
altindadir. Diinyada en ¢ok basvuru yapilan bes biiylik patent ofisi olarak kabul edilen
Amerika (USPTO), Avrupa (EPO), Japonya (JPO), Cin (CNIPA) ve Giliney Kore
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(KIPO) Patent Ofislerinin basvuru siiregleri genel itibariyle oldukga benzerlik
gostermektedir. Farkl iilkelerin patent ofisleri farkli prosediirlere sahip olsa da bir
patent alinmasi i¢in takip edilen temel adimlar oldukga benzerdir. Turkiye Patent ve
Marka Kurumu (TPMK) ve EPO basvurularinda genel olarak bagvuru ile baglayan ve
sekli eksiklik olmamasi halinde 18 ay sonra bagvuru yayin1 ile devam eden bir siire¢
isletilmektedir. 18 aylik siire igerisinde patent ofisi tarafindan patent basvurusunun
gegmise doniik aragtirmasi yapilarak teknigin bilinen durumunda engel dokiimanlar
varsa belirlenir. Daha sonra patent ofislerinde inceleme olarak adlandirilan ve bir
patent uzmani tarafindan yapilan siire¢ isletilir. Patent uzmani, belirli bir teknoloji
alaninda patentlenebilirlik kriterleri ve bir patentin alinmasi i¢in resmi devlet
gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olan teknik egitimli bir kisidir. Patent uzmani
bagvurunun biitiin resmi kural ve prosediirlere uygun olup olmadigina ve patent
verilmesine iligkin gereksinimleri yerine getirip getirmedigine bakar. Eger bagvuru bu
gereksinimleri sagliyorsa patent ofisi, bagvuru sahibinin yayim icretini (belge
ucretini) 6demeyi kabul etmesi halinde patentin verilebilecegini belirten bir bildiriyi
basvuru sahibine gonderir. Diger yandan patent uzmani bagvurunun patentlenebilirlik
kriterlerini tasimadigini diisiiniiyorsa, bir ret bildirisini (ret gerekcesini/gerekgelerini
iceren) bagvuru sahibine goénderir. Patent uzmani patent bagvurusundaki eksikliklerin

giderilmesi icin gerekli diizeltmelerle ilgili 6neride de bulunabilir (Baser, 2004).

Bu asamada basvuru sahibi ya da vekili ofis bildirimine yanit vermek ve

asagidakilerden birini yapmak i¢in belirli bir siireye sahiptir.

e Bagvuruda, patent uzmaninin dikkatini ¢eken noktalar1 hedefleyen tadilatlar
yapar.

e Inceleme yetkisinin nerede hata yaptigmma veya basvuruyu gerektigi gibi
degerlendirmedigine ya da yorumlamadigina iliskin agiklamalar yapar.

e Bagvuruyu geri ¢eker.

Birinci ve ikinci durumda, bagvuru sahibi bildirime karsilik verdigi cevapla patent
uzmanini ikna edebilir. Verilen cevapla uzmanin ikna edilememesi durumunda tescil
karar1 ¢ikana kadar inceleme siireci altinda basvuru sahibi ile patent uzmani arasinda
birkag bildiri ve yamt degisimi gergeklesebilir. Ornegin birden fazla isteme sahip bir
patent basvurusunda ilk istem firin kapaginda kullanilan bir sizdirmazlik elemani
anlatmakta ve diger istemlerde sizdirmazlik elemaninin kauguk veya plastik olan

malzeme yapisindan bahsedilmektedir. Patent uzmani ile olan yazismalar sonucu
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basvurunun patentlenebilirlik kriterlerini karsilayan hali bagvuru halinden farkli olarak
firin kapaginda kullanilan kauguk bir sizdirmazlik elemani olabilmektedir. Bagvuru
sahibi patent uzmanindan bir “nihai ret” bildirimi de alabilir. Bu, patent uzmaninin
bulusun patentlenebilir oldugunu diisiinmedigi ve s6z konusu bagvuru ile ilgili
incelemeyi sona erdirmek istedigi anlamina gelir. Bu asamalardan herhangi biri
sirasinda  basvurunun patentlenebilirlik  kriterlerini saglamas: halinde, basvuru
sahibinden patentin tescili icin bir tcret (belge ticreti) 6demesi istenir. Ote yandan

tescil prosediirii ilkeden iilkeye farklilik gosterir.

Belge ticreti 6dendikten ve patent tescil edildikten sonra, bagvuru sahibinin yillik iicret
olarak adlandirilan ek 6demeleri yapmasi gerekir. Bu ticretler, patent siireci boyunca
patentin yiirlirliikkte tutulmasi i¢in 6denir. Yillik {icretlerin 6denmemesi durumunda,
patent o iilkede yiiriirlikten kalkar ve patent konusu bulus kamuya mal olur, yani 0

Ulkedeki herkes s6z konusu bulusu kullanabilir (TPMK, 2017a).

Patent tescili yayini sonrasi ofis tarafindan belirlenen bir siire boyunca (EPO 9 ay,
TPMK 6 ay) ti¢iincii kisiler tarafindan ticretini 6demek kaydiyla tescil kararina itiraz
edilebilir. Bu durumda patent ofisi itiraz1 degerlendirir. Ofis, tescilin oldugu sekliyle
veya daraltilarak devamina karar verebildigi gibi tamamen gegersiz kilinmasi yoniinde
bir karar yetkisine de sahiptir. Itiraz siiresinin tamamlandig1 bir patent tescilinde ofis

yolu kapanmakta ve yasanan tiim uyusmazliklar i¢in yetkili mercii ulusal mahkemeler
olmaktadir (SMK, 2017, madde 138).

Patent tescillerinin farkli iilkelerde gecerli kilinmasina yonelik birtakim uluslararasi
sistemler olusturulmustur. Tiirkiye mevzuatinca patent hakkinin kazanilmasi ii¢ yolla

olabilmektedir.

Birinci yol, Sinai Miilkiyet Kanunu ile elde edilebilecek olan ve bulus sahibinin
bulusun yalnizca Tiirkiye sinirlari igerisinde korunmasini saglayacak olan Tiirk Patent

ve Marka Kurumu tzerinden verilen ulusal patenttir.

Ikinci ve iigiincii yol ise 1 Ocak 1996°da yiiriirliige giren Patent Isbirligi Antlasmasi’na
(Patent Cooperation Treaty, PCT) g0re patent basvurusunda bulunan Kkisinin
belirleyecegi antlasmaya taraf olan devletlerde bulusuna koruma hakki saglayabilecegi
milli ya da o tlkelerde gecerli olan bdlgesel patent ile 27 Ocak 2000 tarihli ve 4504
saylli Kanunla katilimin saglandigi Avrupa Patent Soézlesmesi (European Patent

Convention, EPC) hiikiimlerine gore elde edilebilecek patent haklaridir (Bartels, 1985).
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PCT Uzerinden yapilan islemler 153 tilkenin dahil oldugu ve arastirma raporu
alabileceginiz bir bagvuru sistemi igermekte, ulusal veya bolgesel ofislere giris icin
daha diisiik maliyetli ve bilirokratik agidan hizli bir yol olusturmaktadir (WIPO,2020a).
Ote yandan, Avrupa Patent Sézlesmesi, Avrupa patentlerinin EPO nezdinde tek ve
uyumlu bir prosedirle verilmesi icin 6zerk bir yasal sistem sunmaktadir (TPMK, 2007).
Avrupa’da faaliyet gosteren firmalar genel olarak Avrupa Patent Ofisi ile ilerlemekte
ve EPO’ya liye Avrupa kitasinda yer alan 38 iilkede dogrudan patent tescili edinme

hakki ve maliyet optimizasyonu saglanmaktadir (TPMK, 2007).

Ornegin Tiirkiye’de bir bulus sahibi ABD, Almanya, Japonya ve Tiirkiye’de patent
korumasi talep etmek i¢in dogrudan tiim tilke ofislerine ayr1 ayr1 bagvuru yapabilir,
PCT iizerinden yapilan basvuru sonrasi arastirma raporuyla birlikte iilke patent
ofislerine veya EPQO’ya ayrica giris yapabilir veya EPO’ya dogrudan bagvuruda
bulunularak EPO’ya iiye Almanya ve Tiirkiye igin belge karari talep edebilir. Tim bu
uluslararasi sistemler igerisinden en maliyet etkin ve operasyonel yiikii az olani tercih
edilerek patentlerin tlke ofislerinde ayr1 ayr1 bagvuru yapilmasi sonucu dogacak olan
olumsuzluklar en aza indirilmeye ¢alisilmaktadir. Asagida yer alan Sekil 1.1°de her
iilke ofisinin ayr1 prosediirler igermesi sebebiyle Ornek olarak EPO iizerinde
izlenebilecek patent bagvuru ve tescil asamalar1 zaman ¢izelgesi ile gosterilmektedir

(Caligkan, 2011).

9 Ay

EPO Bagvurusu EPO incelemesi I .
Raporu
@ 9 Aydan sanra

Hukumsuzluk davasi
Uluslarasi Arastirma .
Yabanci Bagvuru |::> Ulke Mahkemelerinde

18 Ay

Sekil 2.1: Patent tescil siireci 6rnek sema.
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Asagida listelenen kisimda yukaridaki semada yer alan asamalarin genel olarak

icerigine dair bilgiler yer almaktadir.

Basvuru asamast: Patent bagvurusu, bulusun patent ile korunmasi i¢in bulus sahibi ya
da igveren tarafindan patent ofisine yapilan ve patent siirecini baglatan islemdir
(Tekinalp, 2005). Bir patent bagvurusunun basvurudan belge olma asamasina kadar
olan siirecine Ingilizce “patent pending” anlamina gelen “basvuru asamasi1” denir. Bu

asamada erken yayin talebi olmadigi siirece 18 ay boyunca basvuru gizli kalmaktadir.

Arastirma ve Yaym: Patent belgesi aliminda en belirleyici asamalardir. Teknigin
bilinen durumuna gore basvuru ofisi tarafindan arastirma yiiriitiiliir ve bir arastirma
raporu diizenlenir. Bulusun patentlenebilirligine dair referans dokiimanlar igceren bu
rapor baglayici nitelik tasimaz fakat basvuru sahibine fikir verme hiiviyetindedir.

Genellikle bagvuru tarihinden itibaren 18 ay igerisinde yayinlanir (TPMK, 2017a).

Inceleme: Asil baglayic1 gériislerin yer aldig1 inceleme asamasinda ise patent ofisi
arastirma raporunda bulunan ilgili dokiimanlar1 g6z oniine alarak ve inceleme raporu
asamasina kadar gegen siirede varsa yayinlanmig teknigin bilinen durumuna dahil yeni
dokiimanlar1 da g6z oniinde tutarak ve yahut gerekli gordiigli takdirde ek arastirma
diizenleyerek bulunan s6z konusu dokiimanlar 1s1ginda bulusun patentlenebilirlik
sartlarina uygun olup olmadigini bir raporla ifade eder. Tiirkiye ve Avrupa Patent
Ofisinde uygulama geregi rapor olumlu ise tescil belgesi verilir, olumsuz ise basvuru
sahibinden istemleri rapor geregince savunmasi ve diizeltmesi beklenir veya bagvuru

reddedilir (TPMK, 2007).

Tescil: inceleme sonucunda patent ofisince patentlenebilirlik kriterlerinin saglandig
kanaatine varildiginda basvuru sahibine bildirim yapilarak tescil karari biiltende
yayinlanir. Bagvuru tarihi itibariyle istemin tescilli hali dikkate alinarak tiim patentten

dogan haklar hak sahibi tarafindan iiciincii kisilere uygulanabilir (TPMK, 2017a).

Patent tescili verildikten sonra yasanabilecek hem tigiincii kisilerle hem patent ofisiyle
birtakim uyusmazliklar ve buna bagh ticari iliskilerden dogan kavramlar
bulunmaktadir. Genel hatlariyla, tescil karar1 sonrasinda EPO ve TPMK mevzuatinda
da yer alan patent ofisine patent tesciliyle ilgili itiraz ve temyiz yolu, itiraz suresi
tamamlandiktan sonra genellikle fikri ve smai miilkiyet mahkemelerinde
gorilebilecek patent korumasmin gecersiz kilinmast veya daraltilmasina dair

hiikiimsiizliik davasi yolu, patent haklarmmin ihlal edildigine dair mahkemelerde
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gorilebilecek patent tecaviizii davasi yolu veya patent haklariin ihlal edilmemesi i¢in
karsilikli yapilabilecek olan lisans anlagmalaridir. Bunlar asagida kisa agiklamalar

halinde verilmektedir.

Itiraz ve Temyiz: Patent basvurularinda inceleme raporunda yer alan olumsuzluklara
kars1 bagvuru sahibinin itiraz hakki vardir. Belge oncesi bu itirazin disinda bir de
ticlincii kisiler icin belge ilanindan sonra itiraz imkan1 taninmaktadir. EPO ve TPMK
Ozelinde tescilden sonra belirli siirelerle bu imkan taninmaktadir. (TR’de 6 ay, EP’de
9 ay). Inceleme raporundaki olumsuzluklar nedeniyle ya da iigiincii kisilerin itirazi
sonucu bagvuru reddedilmisse, basvuru sahibi temyiz i¢in ofise ya da mahkemeye

bagvurabilmektedir (SMK, madde 99).

Hiiktimsiizlikk: Belge ilanindan sonra fgiincii kisiler belgenin hiikkiimsiizligi
konusunda itirazda bulunabilirler. Yasa icerisinde Avrupa Patenti verilmis tilkelerde
bulusa patent verilebilirlik konusunda 6nceki ulusal haklardan birisinin etkisi, Avrupa
patentinin verilmesinden sonra yetkili ulusal mahkemelerce degerlendirilecegi ifade
edilmektedir (EPC, article 138). Son yillarda bazi basvuru sistemlerinde yapilan
degisikliklerin ardindan belge Oncesi ve sonrasi itiraz siirecleri ortadan kaldirilmis,

yalnizca hiikiimsiizliik i¢in sistem ortaya konmustur.

Tescil siireci boyunca yapilan incelemelerin temel felsefesi olarak devletlerin
ekonomik kalkinma agisindan kamu alaninda miimkiin oldugunca fazla teknoloji
bulunmasini istemesi gosterilebilir. Boylece zaman i¢inde yillik {icretlerin miktarini
artirarak bir sekilde patentlerin terk edilmesini 6zendirilmektedir. Dolayisiyla patent
koruma siiresinin son yillarinda yillik ticretler oldukga yiiksek miktarlara ulasir. Hem
Turkiye hem Avrupa Patent Ofisi 0zelinde de artarak devam eden yillik ticret

uygulamasi bulunmaktadir.

Bu ¢aligmanin daha ¢ok konusu olan Avrupa patenti 6zellikle yiliksek maliyetlerinden
dolay1 (2020 y1l1 i¢inde arastirma talebi icin ortalama 2200 Euro, inceleme i¢in 1900
Euro) daha cok biiyiik kurumsal firmalarin tercih ettigi bir bagvuru sekli olarak ortaya
¢ikmaktadir (EPO, 2020). Sekil 2.2°de gorildigi Gzere 2018 yilina ait EPO verileriyle

de bu durum dogrulanmaktadir.
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Sekil 2.2 : 2018 yil1 EPO Patent Bagvuru Sahibi Dagilimi

Sekil 2.3’te ise 2008-2017 yillar1 arasindaki verilere genel olarak baktigimizda her
sene EPO tizerinden yapilan ve 2020 yil1 itibariyle 160.000°1 asan patent bagvuru sayisi
en ¢ok EPO tiye tilkeleri tarafindan yapilmakta ve ikinci olarak adet bakimindan ABD
orjinli bagvurular gelmektedir (EPO, 2019).

M
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Sekil 2.3 : 2008-2017 Yillar1 Arast EPO Basvuru Sahipleri Ulkelere Goére Dagilimi

Sekil 2.4 incelendiginde EPO {izerinden son 10 yil verileri igerisinde tescil edilen
bagvuru sayilar1 ise 60.000’den yaklasik 100.000’e gelmistir ve 2008 yilina gére ABD
ve Uzakdogu orjinli bagvurular gérece bir artis gostermektedir (EPO, 2019).
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Sekil 2.4 : 2008-2017 Yillar1 Arast EPO Tescil Sahipleri Ulkelere Gére Dagilim1

Sekil 2.5 {izerinde grafik olarak verilen EPO Uzerinden 2017 yil1 igin en gok basvuru
alan 10 teknolojik alana gore basvuru sayilarinda en fazla medikal teknolojiler, dijital
iletisim ve bilgisayar teknolojileri 6ne ¢ikmaktadir. Bu ¢alismada 6nemli bir yere sahip
olan elektrikli makineler alanindaki bagvurular 2017 yilindaki basvurularin yaklasik

yiizde 6,5’ini meydana getirmektedir (EPO, 2019).
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Sekil 2.5 : 2017 Yili EPO En Cok Basvuru Yapilan Alanlar

Sekil 2.6’dan da anlasilacagi izere EPO’nun {irlin veya ¢ikti olarak ele aldigi ti¢ farkli
parametre bulunmaktadir. Bunlar itiraz, inceleme ve arastirma siirecleridir. Kurum
tarafindan 2016-2017 yillarina ait sonuglandirilan ¢iktilar yukarida gosterilmektedir.
Yillara gore bakildiginda Avrupa Patent bagvurusu her sene daha fazla tercih edilen

bir bagvuru yontemi olarak yer almaktadir (EPO, 2019).
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Sekil 2.6 : 2016-2017 Yillar1 Aras1 EPO Ofis Kalite Gostergeleri

2.7. Patent Dokiiman Cesitleri

Patent basvurulari, bagvuru tarihi itibariyle belli numaralandirma sistemlerine gore
basvuru numarasi alirlar. Her tilke i¢in kendi mevzuatinca belirlenen ve tiir kodu (kind
code) olarak gegen dokiiman gesidini gdsterir ifade bulunmaktadir. Ornegin bir bulusa
ait Almanya iginde patent tescili C1 dokiimani olarak yaymlanirken ayni bulusun
Cin’de aldig1 tescil B dokiimani olarak yayimlanmaktadir. Dokiimanlara konu iilke
kodlar1 ise WIPO tarafindan belirlenmekte ve diizenlenmektedir. (WIPO, 2020b).
Genelde bagvuru numarasinin 6niinde bulunan ve say1 olmayan iki hane {ilke kodunu
belirtir. Ornek olarak, US2004009700A 1 basvurusunda US iilke kodu olarak ABD’yi,
2004 yayin yilini, 009700 bagvuru numarasini gosterir. Sondaki Al ise dokiiman
cesidini belirtir. Yaygin olarak “A” bagvuru yayinini, “B” belge yaymin ifade eder.
A1 bagvuru ile beraber arastirma raporu yayinlandigini, A2 yalnizca bagvuru yayinini,

A3 ise yalnizca aragtirma raporu yaymini ifade eder (Caliskan, 2011).

Sistemler arasinda numaralandirmada biiytlik farkliliklar olsa da gosterimlerde “iilke
kodu-bagvuru numarasi-dokiiman ¢esidi” siralamasinin  benzer oldugu dikkati
cekecektir. Cizelge 2.1 icerisinde 6rnek olarak EPO tarafindan uygulanan dokiiman

cesitleri ve agiklamalar yer almaktadir (EPO, 2016).
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Cizelge 2.1: EPO dokiiman gesitleri.

Dokiiman ¢esidi

Aciklama

Al
A2
A3
A4
A8
A9
Bl
B2
B3
B8
B9

Avrupa Patent Bagvuru Yayini (Arastirma raporu ile birlikte)
Avrupa Patent Bagvuru Yayini (Arastirma raporu olmadan)
Arastirma raporunun ayri yayini
Tamamlayici arastirma raporu
Diizeltilmis A dokiimani
Tamamen tekrar basilmis A dokiimani
Avrupa Patent Tescili
Itiraz sonras1 degismis yeni patent tescili
Smirlandirilmig patent tescili
Diizeltilmis B dokiimani
Tamamen tekrar basilmig B dokiimani
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3. PATENT DEGERLEME

Deger, bir varhigin kullanilmasi ile gelecekte elde edilecek ekonomik faydanin
bugiiniin fiyati olarak ifadesidir. Diger bir ifade ile deger, bir varliga sahip olmanin
gelecekte getirecegi faydalarin tek bir 6deme i¢inde ifade edilisidir. Degerleme ise, bir
varligm parasal degerinin tespiti islemidir. Ilk olarak gayrimenkul varliklar icin
kullanilmaya baslanan degerleme, zaman i¢inde makine ekipmanlari, kiymetli taslar,
sanat eserleri ve nihayet gayri maddi varliklar i¢in de kullanilarak uygulama alani

genislemistir (Sozer, 2008, Bolim 1).

Gayri maddi mallar igerisinde tanimlanan bir patentin degerlemesinin yapilabilmesi
icinse oncelikle bulusun (teknolojinin) tanimlanabilir bir varlik olmasi, bu varligin
hukuk tarafindan korunan bir hak olmasi (bir sahibinin olmasi ve transfer edilebilir

olmasi) ve tek basina gelir getirebilir olmasi gerekmektedir (Taplin, 2004).

Literatirde yer alan ve degerleme sartlarini inceleyen bir ¢alismada, Pitkethly (1997)
degerlemenin gelecege iligkin yargi icerdigi i¢in patent degerlemesi hakkindaki her
tirli kararin spekiilasyonlar igerdigini iddia etmektedir. Herhangi bir degerlemeden
once su sorularin sorulmasi ve cevaplanmasini dnermektedir: Degerlemeyi kimin
yaptig1, kimin i¢in yaptigt ve amaciin ne oldugu. Patent, gelecekteki belirsiz
faydalarla anlamli hale geldigi i¢in patent degerlemesi anlasilmasi gii¢ bir istir.
Patentin degerinin ¢ok hizli gelisen teknolojiler, tiiketici egilimleri, lilke ekonomik
biiylimeleri dahil olmak iizere pek ¢ok dngoriilmesi giic parametrelere bagli olmasi

sirketlerin isini oldukc¢a zorlagtirmaktadir.

Bir patentin degeri ifade edilirken, degerlemenin ne zaman yapildig1 en biiyiik 6nem
arz eden kistaslardan biridir. Zira bir varligin degeri, gelecekte getirecegi faydanin
artls veya azalisina baglh olarak zamanla degigsmektedir. Dolayisiyla, her deger,
belirlenen belli bir zaman (bugiin ve gelecek) i¢in bir mana ifade etmektedir. Gegmiste
biiyiik karlarin elde edilmesini saglayan bir patent bugiin kullanilmiyorsa, degeri

stfirdir. (Sozer, 2008, Boliim 1).
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3.1. Patent Degerlemenin Onemi

Gayri maddi mallarin yiikselen degerinden dolayi; lisanslama, finansman temini,
teknoloji transferi, vergi muafiyeti veya indirimi gibi deger yaratan amaglar igin de
kullanilan patentlerin sahip olduklar1 ekonomik degerin belirlenmesi de 6nem kazanan
bir konu haline gelmektedir. Buna ilaveten; verimli sirket yonetimi, Ar-Ge yatirim
kararlari, patent belgesinin yenilenmesi veya muhasebe kaydi gibi konularda da patent

degerlemeye ihtiyag duyulmaktadir (Avrupa Patent Akademisi, 2011, ss. 150-151).

Firmalarin stratejik kararlarini belirlemesi, patent portfoyii olusturmalar1 ve bu portfoy
yonetimi icinde bir oOnceliklendirme veya siralandirma yapabilmelerinde patent
degerleme oldukca 6nemli bir rol oynamaktadir. Fikri miilkiyet yoneticileri patent
basvuru maliyetlerini azaltmak ve patentlerin ticarilesmesinden elde edilen kar1 en {ist
diizeye ¢ikarmak i¢in degerli patentlere nem vermektedirler (Wang ve Hsieh, 2015,
s. 263). Muhasebe kayitlari, patent belgesi yenileme kararlari, firmalarin satin alma ve
birlesme kararlar1 ve patentten satis yoluyla gelir saglanmasi gibi pek cok konuda

degerlemeye yogun bir sekilde firmalar tarafindan ihtiya¢ duyulmaktadir.

Firmanin i¢ yonetimi agisindan da verimli sirket yOnetimi, satin alma veya lisans
iliskilerinde stratejik karar verme, portfoy yonetimi, ar-ge yatirim dagilimina karar
verme veya fikri miilkiyet haklarini mahkemelerde veya patent ofisi nezdinde
uygulayarak dava acgilmast veya itirazlarda bulunmasi tiirlinde birgok karar
verebilmektedirler (Avrupa Patent Akademisi, 2011, s. 151). Dahasi, piyasa sartlarina
uygun telif Gicretleri, anlagmalar ve vergilendirmeler konusunda da soyut varliklar olan

patentlerin degerlenmesi yani somutlastirilmasi ihtiyaci agiktir.

33 farkli LES (Teknoloji ve Lisans Yoneticileri Dernegi) toplulugu baskanina
yoneltilen sorulardan olusan bir c¢alismada fikri haklar degerlendirmesi
profesyonellerinin istatiksel olarak gortisleri alinmistir. Patent degerlemesine neden
ihtiya¢ duyduklarini agiklarken ilk etapta lisanslama, satis, birlesmeler, bayilik verme
gibi noktalara deginilmektedir. Degerleme yapmanin sirket i¢in on bir sermaye
birikimine yol agmasi da ikinci bir avantaj olarak sayilmaktadir. Son olaraksa ihlal
davalarinda mahkemeye sunmak iizere anlamli bir veri elde etme amagli degerleme

yapildigin1 aktarmaktadirlar (Olson ve dig., 2012).

Nihayet, patent degerlemesinin yapilma amaci ile ilgili bir ¢alismada yazilim, telekom

ve farkli teknoloji sektorlerinde yaklasik 10.000 patent elinde bulunduran 142 farkl
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firmayla 2007 yil1 boyunca yoneticilerle yapilan anketler sonucu patent degerlemesi
yapilma amaci ezici bir sekilde portfoy degerlendirmesi ve ¢alisanlarin tesvik edilmesi

olarak ortaya ¢ikmaktadir (Gassmann ve dig., 2008).
3.2. Patent Degerleme Yontemleri

Smai miilkiyet haklarinin en 6nemli tiirlerinden birisi olan ve firmalarin stratejik
kararlarinda etkili olan patentlerin degerini belirlemek, degerlemesi yapilacak patentle
ilgili bilgilerin varlig1 ve dogrulugu ile de iliskilidir (Yavuz, 2018). Sahip olunan sinirl
veriden yola ¢ikilarak yapilan patent degerleri temelde ikiye ayrilabilir. Bunlardan ilki
patent belgesinin kendinden kaynaklanan niteliklere odaklanan ve c¢ogunlukla
ekonomik bir yon igermeyen nitel(kalitatif) degerleme iken digeri ise patentin sahip
oldugu niteliklerin diginda rekabet ve piyasa odakli ekonomik modellerin kullanildig1
nicel(kantitatif) degerlemedir. Her iki degerlemenin farkli kullanim amaglari
bulunmakta ve sirketlerin igerisinde dahi farkli departmanlar ayn1 patent portfoyiinii
farkli yontemlerle degerleyebilmektedir. Ornegin fikri haklar departmani portfoy
degerlendirmesinde nitel degerlemeyi baz alirken, muhasebe veya finans departmani

nicel degerlemeyi baz alabilmektedir.

3.2.1. Patent nicel degerleme
Patentin nicel degerlemesi bulusun kalitesi, tescil edilip edilmemesi veya rekabette
herhangi bir uyusmazliga konu olup olmamasi gibi etkenlerin dikkate almaksizin
patentin dogrudan parasal degeri ile ilgilenmektedir. Bu deger hesaplanirken patentli
teknolojiye yapilan yatirim, pazardaki benzerleriyle kiyaslama veya patentin gelir elde
etmesi varsaymmiyla lisans bedeli hesaplama {izerinden parasal bir deger

bicilebilmektedir.

Patent gibi soyut varliklarin ekonomik degeri gittikce sirket bilangolarinda daha fazla
yer tutmaktadir. lan Lewis’in Fortune 500 firmalarinin 1975 ile 1995 yillarindaki
varlik karsilagtirmalar: ile ilgili yaptig1 ¢aligmada, 1975 yilinda firmalarin piyasa
degerlerinin %60’ mndan fazlasinin maddi varliklara dayandigi, 1995 yilina
gelindiginde bu oranin %25’in altina diistiigii goriilmektedir (Taplin, 2004). Sirketlerin
maddi varliklar1 biiylik bir hizla maddi olmayan varliklara dogru kaymaktadir.
Dolayistyla fiziki varliklara dayanan degerlerin yerini gayri maddi mallar almakta ve
patent haklarinin da i¢inde oldugu fikri haklar bilangoda bir bilgi sermayesi olarak yer

alarak nicel olarak degerlemeye olan ihtiyaci artarak devam etmektedir.
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Daha cok sirketlerin vergi ve muhasebe hesaplamalarinda, firma devri veya satin
alimmas1 durumunda, patentlerin satis1 veya lisanslanmasi gibi bilangoyu ilgilendiren
durumlarda kullanilmaktadir (Ersoy ve Akbaba, 2014, s. 227). Kullanilan baslica

metotlar ve kullanim sekilleri kisaca agiklanacaktir.

3.2.1.1. Maliyet metodu

Patent degerlemesi literatiiriinde Yerine Koyma (Yenileme) Metodu ve Yeniden
Uretme Metodu olmak {izere iki ayri bashik altinda incelenen maliyet metodu,
degerlemesi yapilacak patentli teknolojinin aynisinin ya da benzerinin gelistirilmesi

icin yapilan harcamalar1 esas almaktadir.

Degerlemesi yapilacak patentli teknolojinin benzeri bir patentsiz teknolojinin
maliyetlerinin esas alindig1 yerine koyma metodunda, benzer teknolojinin tretilmesi
icin mevcut yeni bilimsel arastirmalarin ve gelistirme metotlarinin kullanilmasi esas
iken, yeniden iiretme metodunda degerlemesi yapilan patentte kullanilan eski

aragtirmalarin ve gelistirme metotlarinin kullanilmasi esastir (Sozer, 2008, s. 22).

3.2.1.2. Pazar metodu

Emlak ve makine gibi varliklarin degerlemesinde de sik¢a kullanilan bu yontemde,
benzer patentlerin benzer degerlere sahip oldugu varsayimindan hareketle,
degerlemesi yapilacak patentlerin yakin ge¢miste lisans, devir vb. islemlere konu
olmus benzer patentlerle karsilastirmasi yapilmaktadir. Pazar metodunda maliyet ve
gelir metotlarina gére daha az sayida analitik metotlar mevcuttur (Reilly ve Schweihs,

1998, s. 102).

3.2.1.3. Gelir metodu

Patentin ekonomik hayat1 boyunca veya diger bir deyisle ticari kullanim1 sonucunda
elde edilmesi beklenen ekonomik faydanin bugilinkii net degeri cinsinden ifade
edilmesi demek olan Iskontolu Nakit Akislar1 (INA) ydntemini esas alan bir metottur.
Gelecekte elde edilecek gelir bugiin fiyat: ile ifade edilirken, gelirin elde edilecegi

zaman ve elde edilme riski hesaba katilmaktadir.

3.2.1.4. Diger metotlar

Yukarida anlatilan maliyet, pazar ve gelir metotlar1 hemen hemen tiim degerleme
analizlerinde kullanilan geleneksel metotlardir. Son zamanlarda bunlara ek olarak
daha karmasik ve gelismis yeni bazi metotlar iizerinde ¢alismalar yogunlagmistir. Bu

metotlar i¢inde en gdze carpanlar, Risk Ayarlamali Bugiinkii Net Deger, Olasilik
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Agaglar;, Monte Karlo ve Duran Varliklar igin Segenekli Degerleme metotlaridir

(Sozer, 2008, s. 59).

S0z konusu metotlar, gelir ve maliyetler hakkindaki varsayimlarla olusturulan nakit
akis modelleri ile ilgili varligin deger iiretmesi i¢in gerekli kosullu olaylarin agik bir
sekilde modellendigi karar agaci modellerine dayanmaktadir. Bu metotlarda ilk olarak,
patentin degerini artiracak belli bir olayin ger¢eklesme olasilig1 hesaplanmakta, daha
sonra, s0z konusu olaym gergeklesmesi halinde, geleneksel metotlardan (maliyet,
pazar ve gelir) biri kullanilarak elde edilecek gelir hesaplanmaktadir (Flignor ve

Orozco, 2006).

3.2.2. Patent nitel degerleme
Patentin nitel degerlemesi, patent belgesinin pazar ve sirket kosullarinin kismen
disinda kalarak teknik yeterliligini kapsayan ve bunu Olgmeyi amaglayan bir
degerleme cesididir. Cogunlukla fikri haklar uzmanlar1 ve o teknolojik alana iliskin
teknik uzman tarafindan ortaklasa gergeklestirilmekte ve portfdy yonetimi icinde ar-
ge yatirimlarinin belirlenmesinden rakiplerin bagvuru ve tescillerinin stratejik olarak
takip edilmesine kadar birgok konuda fikri haklar yonetimi ve ar-ge departmanlari i¢in

bir 6l¢l olmaktadir.

Nitel degerlendirmenin nicel degerlendirmeden temel olarak farki patentin teknik
ozelliklerinde yer alan yetkinliklere odaklanmasidir. Bir bakima nitel degerlendirmede
patentin kalitesi 6l¢imlenirken nicel degerlendirmede patentin ekonomik degeri daha
on plana ¢ikarilmaktadir. Bir patentin nitel degeri o patentin kalitesi ile es anlamhi
kullanilabilmektedir. Nitel degerlemenin c¢iktis1 genellikle bulusun teknolojisinin,
bulusun bagh bulundugu teknoloji alaninin, bulusu patent belgesine dontistiiren fikri
haklar uzmanlarinin ve patenti tescil eden patent ofislerinin kalitesinin
derecelendirmesini gostermektedir. Dolayisiyla bir patentin nitel degerlendirmesi
sonucu ¢ogunlukla patente konu bulus ve bulusun koruma kapsaminin olusturdugu
kalite 6lgimlenmektedir. Bu kalite dl¢iimleri yapilirken gostergeler kismi patentin
basvurudan itibaren sahip olmaya basladig1 6zellikleri ifade eden dolayli gostergeler
ve patentle ilgili uzman yorumlarini ifade eden dogrudan gostergeler olarak ikiye

ayrilabilmektedir.
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3.2.2.1. Dogrudan gostergeler

Bagvuru veya bulus sahiplerinden patentleri ile ilgili alinan deger tahminleri ve
anketler bu kapsama girer (Sozer 2008, s. 13). Son dénemlerde biiylik sirketlerin sahip
oldugu portfoylerin endekslenmesinde ve fikri haklarin i¢ yonetiminde kullanilan bir
yontem olan dogrudan gostergeler, bir patent deger siralamasi1 yapmak i¢in ideal bir

yontem olarak gosterilmektedir.

Avrupa Patent Ofisinin, Danimarka Patent Ofisinden uyarladigi IPScore adindaki
kalitatif degerlendirme anketiyle patentler bes farkli alanda (Hukuki, Teknolojik,
Piyasa, Finansal ve Stratejik) 10’ar farkli soruyla 1 ile 5 arasinda bir degerlendirmeye
tabi tutulmakta ve toplam bir puan almaktadir. Her bir degerlendirme patentin glcli
ve zayif yonlerini farkli bakis agilarindan 6lgmeye calismaktadir. Cok boyutlu analizle
riskleri (portfoylin eski teknoloji agirliklt olmasi vb.) ve firsatlar1 (kullanilmayan
patentleri lisanslamak vb.) 6l¢gmek i¢in de kullanilabilen bu kalitatif metotla stbjektif
bir degerlendirme puani elde edilebilmektedir. Dahasi, eger firma ve piyasa bilgilerine
dair bilgiler saglanirsa patentlerin net bugiinkii degerini (net present value) de tahmin
etmekte ve patentlerin ticarilestirilmesi agisindan patent sahiplerine bir referans
verebilmektedir (Sopple, 2016). Cogunlukla, firmalarin fikri haklar ydnetiminin
portfoy gozden gecirmesi icin pratik bir yontem olarak goriilmektedir.

Patent degerlemeyle ile ilgili dogrudan gostergelere, bir anket calismasi olan
PATVAL-EU o6rnek verilebilir. Bu ¢aligmada bagvuru ya da bulus sahiplerinden,
buluslarinin bugiinkii degerleri i¢in en iyi tahmini miktarlari ile tescilden hemen sonra
patentlerini satmay1 kabul edecekleri minimum degeri belirtmeleri istenmistir. Anketin
sonucuna gore, Avrupa Patentlerinin yaklasik yarisinin 300,000 Euro’dan diisiik
degere sahip oldugu ve toplam degerin ¢ok biiyiik bir kisminin (%88) patentlerin
yaklasik %10’undan kaynaklandigir goriilmektedir. Bir diger deyisle, patentlerin
cogunun diisiik, azinin yiiksek degerlere sahip oldugu, patent degeri dagilimimnin blyik
standart sapmali ortalamalara sahip oldugu ve dagilimin sa¢imikligindan dolayi,
ortalamadan az degere sahip patentlerin ¢ogunlugu olusturdugu tespit edilmektedir
(Omland, 2011). Bu ¢caligmada ankete cevap verenlerin patentleri ile ilgili tim bilgilere
sahip olduklar1 varsayilmistir. Anket calismalarina diger ornekler de Scherer ve
Harhoff (2000) ile Harhoff, Scherer ve Vopel (2003) tarafindan Alman ve Amerikan
patentleri i¢in yapilan anketlerdir. (Ceccagnoli ve dig., 2005) Bu ¢alismalar da uzman

goriigleri dogrultusunda patentin kalitesinden degere ulasma yontemini izlemektedirler.
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3.2.2.2. Dolayh gostergeler

Dolayl gostergeler, bircok kisitlama i¢cermekle beraber patentlerin parasal degerinin
dogrudan gozlemlenemedigi durumlarda patent belgesinin kendinden kaynaklanan
ozelliklerinin kullanish oldugu goéstergelerdir (Ceccagnoli ve dig., 2005). Dolayh
gostergelerin en biiyiikk ayirt ediciligi patentin ¢ok boyutlu karmasik yapisinm
anlamlandirmak i¢in bulusun teknolojisi ve devam eden patent siirecini tamamen
objektif verilere dayanarak degerlemesidir. Veri tabanlarinda yer alan anlamli sayidaki
patentlerin incelenerek uzman goriisleriyle yorumlanmasi sonucu belirli egilimler
belirlenerek patentin kalitesine dair veriler elde edilebilmektedir. Bir 6rnek olarak,
literatlirde yer alan birtakim c¢alismalarda patent ihlaline konu olan patentler
incelendiginde istem sayilar arttikca patent ihlaline konu olmasi arasinda bir iliski
gbzlenmekte ve dolayli olarak bu iligki patentin degerli olabilecegine isaret etmektedir
(Lai ve Che, 2009). Patentin yenileme ticretleri, atiflari, kapsami, tarifname ve istem
detaylari, patent ailesi ve dmrii gibi pek ¢ok farkli parametre dolayli gosterge olarak
kabul edilmektedir. Sik¢a kullanilan dolayli gostergelerin literatiirde yer alan genel
egilimi ve gostergelerin tanimlar1 Cizelge 3.1 icerisinde yer almaktadir. Ilerleyen

boliimlerde dolayli gdstergeler yapilan ¢aligmalarla beraber daha detayli ele alinacaktir.

Asagida yer alan Cizelge 3.1°de anlamli bulunmayan bazi kriterlerle ilgili pozitif veya
negatif etki gézlemleyen veya pozitif etki gozlemlenen gostergelerde anlamli sonuglar
elde edemeyen caligmalara rastlansa da genel egilim ifade edilmektedir. Tiim
gostergeler, incelenen teknoloji smifi ve zaman dilimine goére degiskenlik

goOsterebilmektedir.
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Cizelge 3.1: Dolayl gostergeler.

Gostergeler Gosterge Tanimi Genel
Egilim
. S Pozitif
Istem sayis1 Bulusun korunmasi istenilen unsur sayisidir. etki
Patentin kalan Bagvurusu yapilan patentin korumasinin sona Pozitif
omr ermesi icin kalan siire etki
Patent aile Patentin korumasina sahip olan tilke sayisi ve Pozitif
bilyikligi cesidi etki
Teknoloji sinifi Bulusun ait oldugu teknik sinif Pozitif
(IPC) etki
Uriin yasam Arge, yiikselis, olgunluk ve diislis asamalarindan ~ Anlaml
donguisu olusan “S” seklinde gosterilen kazang-zaman degil
grafigi
Potansiyel Pazar | Piyasadaki toplam satis miktar1 ve gelirleri iginde =~ Anlamli
pay1 patent sahibi firmaya ait olan pay degil
Ihlal tespit Patentin ihlali durumunda tespitinin ne kadar Anlaml
yontemi zorlugu kolay veya zor oldugu degil
Teknolojik diizeyi Patentin sahip oldugu teknolojik diizey Anlamli
degil
Itiraz durumu Patentin aldig itiraz sayisi Pozitif
etki
Geriye dogru atif Ilgili patentin daha 6nceki patentlere tirnak Anlamli
sayi1sl icinde yaptig1 atif sayisi degil
Tescile kadar Patent basvurusundan tesciline kadar gegen siire Pozitif
gecen siire etki
Rakip firmalarin | Patentlenen Uriinlere ikame Urtnler reten firma  Anlamlh
say1s1 say1s1 degil
[leriye dogru atif | Daha sonraki patentler tarafindan atif alma sayist Pozitif
sayist etki
Arastirma Arastirma raporlarinin aldig1 X, Y ve A sayisi Anlaml
raporunun durumu degil

3.3. Kalite Kavrami ve Patentin Kalitesi

Kalite kavrami herhangi bir konuda belirli bir nitelige sahip olmay1 ifade etmektedir.

Nitelik ise alandan alana degismekte ve kesin bir tanim1 da bulunmamaktadir. Buradan

hareketle patent belgelerinin belirli bir nitelige sahip olmasini patent kalitesi olarak

kabul etmek miimkiindiir. Burada belirli bir nitelik ifadesi tanimlanirken bulus, patent

basvurularinin yazimi, dosyalanmasi, degerlendirme yapilan patent ofisi, korumanin

saglandig1 iilke gibi pek ¢ok kriter 6n plana ¢gikmaktadir. Her bir patent belgesi oldukca

karmagik hukuki siireclerden gegmekte ve dolayisiyla her asama patent kalitesine etki

edebilmektedir (Kappos ve Graham, 2012). Patent kalitesi daha 6nceki boliimlerde de

vurgulanan dolayli veya dogrudan gostergelerle anlasilmaya calisiilmaktadir. Bu

calismada da kullanilan patent kalitesi ifadesi, patentin dogrudan ve dolayh
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gostergelerinin biitiinciil olarak ele alinmasi sonucu patentin ¢ok boyutlu yapisini en
fazla kapsayan niteliklere sahip olmasi olarak diisiiniilebilir. Patent kalitesi buluglarin
patent belgesine doniisiirken yarattigi katma degeri anlamak acisinda bir hayli 6nem
tasimakta ve etkin bir patent stratejisi izlenmesi i¢in hayati degerlendirmelerden biri

kabul edilmektedir.

Patent bagvurularmin tescil edildigi takdirde hukuki sonu¢ dogurdugu asikardir. Ote
yandan, 2009 yilinda bir patentin ortalama incelenme siiresi Amerika Birlesik
Devletleri igin 34.6 ay, Japonya igin 35.3 ay ve Avrupa Patent Ofisi i¢in 41.7 ay olarak
tespit edilmektedir. Dolayisiyla, herhangi bir siire standardinin olmamasi ve ne zaman
patent hakkinin elde edilecegi belirsiz iken kalite konusunda bir veriye ulasilmasini

zorlagtirmaktadir (Kappos ve Graham, 2012).

Tim bu belirsizliklere ragmen patent kalitesi g¢esitli sekillerde tanimlanmaktadir.
Genellikle yasal gereklilik, faydalilik, teknik agiklama, ticari etkinlestirme, yenilik ve
anlagilabilirligin uygun bir sekilde karsilanip karsilanmadig1 veya verilen bir patentin
yasal patent standartlarini ne Olciide karsiladigi veya astigi kalite olarak
tanimlanabilmektedir (Scotchmer, 2004; Wagner, 2009). Ayrica, yiiksek kaliteli
goriilen bir patent {lclincii kisiler tarafindan mahkeme siireciyle gegersiz
kilinabilmektedir (Merges, 1988) ve buna ragmen ticarilestirilmesi ve sosyal,
ekonomik ve / veya ¢evresel kazanim saglamasi bir siire i¢in miimkiin olabilmektedir
(Prud‘homme, 2012). Patent faaliyetlerinin farkl taraflari, patent kalitesinin igerigine
iligkin farkl goriisler sunabilir. Patent kullanicilar1 agisindan, patent kalitesi makul
maliyet ve yonetilebilir patent istemleri gibi faktorlerle ilgilidir. Patent ofisleri icin
performans, maliyet ve hizmet siiresi dahil ¢esitli boyutlarin optimal dengesidir
(Scellato ve dig., 2011). Diger bir goriis olarak, yiiksek kaliteli patentler, yaygin olarak
kullanilan ancak heniiz patentli olmayan buluslardan daha ziyade, gercekten yenilik
tastyan ve “teknikte uzman kisiler” tarafindan uygulanabilen tescilli buluslardir.
Dolayisiyla, istemlerin gegerliligi ve genisligi en az belirsizlikle ve agikga belirtilen
patentlerin kalitesinin yiiksekliginden soz edilebilir. (Hall ve Harhoff, 2004).

Yukaridaki tanimlara dayanarak, patent kalitesinin icerigi Hefa (2010) tarafindan
yapilan ¢alismada ii¢ farkli yone ayrilmistir: teknolojik kalite, yasal kalite ve ticari
kalite. Teknolojik kalite, bulusun teknik yaraticilig1 veya belirsizligin derecesi ile
belirlenir, teknik ¢6ziim ya zor bir sorunu ¢ozebilir ya da beklenmedik teknik etki
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yaratabilir. Teknolojik Kkalite, patent kalitesinin diger yonlerinin temelini olusturan ve

esas olarak patentin piyasa degerine karar veren patent kalitesi i¢in esastir.

Ikinci olarak, yasal kalite basvuru belgesinin ne kadar iyi yazildigin1 ve inceleme
siirecinde ortaya c¢ikan kaliteyi ifade eder. Genellikle patent vekili ve denetgiler
arasindaki etkilesimin bir sonucudur, bu da teknik bilginin yeterince agiklanip
aciklanmadigini, taleplerin uygun sekilde talep edilip edilmedigini ve tarifname
tarafindan desteklenip desteklenmedigini yansitir. Daha yiiksek yasal kaliteye sahip
patentlerin inceleme veya gecersiz kilma prosediirlerinde zorlanmasi genellikle daha

gugtdr.

Ugiincii olarak, ticari kalite patentlerin ticari degerini ifade eder. Her zaman olmasa da
ticari kalite genellikle patent kalitesinin kapsamli bir diizenlemesi olan patentlerin
genel kalitesi ile orantili olmakta ve defansif patentler bile hala ekonomik olarak
degerli kalmaktadir. Bu nedenle, ticari kalite kismen teknolojik ve yasal kaliteye
baghdir ve diger ikisini yansitir, ancak daha cok piyasa degeri ile ilgili kabul

edilmektedir.

Bunun yaninda patent Kkalitesini Olgmek igin bir¢ok Ol¢im gosterge sistemi
gelistirilmistir. Baz1 arastirmacilar, patent kalitesini 6lgmek i¢in patentin is takibi
stireclerini gosteren bakim(maintenance) orani, atif sayisi, tescil orani, bilim
makalelerine atif, vb. gibi basit gostergeleri kullanirlar (Schankerman ve Pakes, 1987;
Henderson ve dig., 1998). Ernst (2003) patent kalitesi gostergeleri olarak tescil oranini,
atif sikligini, patent ailesinin boyutunu, teknolojik ve uluslararasi patent bagvurularinin
kapsamini Onermektedir. Squicciarini ve Criscuolo (2013) patent kapsami, aile
biliyiikligi, ileri ve geri atiflar, patent dis1 literatiire atiflarin Slglim gostergeleri

oldugunu iddia etmektedir.

Cin kaynakli dokiimanlarda (Chen ve Chang, 2010), ileri atiflar, teknolojik kapsam ve
aile biiyiikliigii, diger kaynaklarda (Hall ve dig., 2007), patent sayisi, patentlerden
bilimsel makalelere atif, teknoloji dongii siireleri vb. kriter olarak kabul edilmektedir
(Hicks ve dig., 2001). Baska bir arastirma yayini da yasal giivenlik, maliyet etkinligi
ve zamanindaligin (timeliness) 6l¢iim gostergesi olarak secildigi is takibi(prosecution)

kalitesine odaklanmaktadir.

Mevcut arastirmalar bize birgok 6l¢lim gdsterge sistemi ve yontemi saglamistir. Ancak,

problemlerin ii¢ yonii vardir. Ik olarak, teorik calismalar genellikle teorik biitiinliik

32



acisindan 1yidir, ancak bazi verilere is iliskileri veya gizlilik anlagmalar1 geregi
erisilemez ve pratik dl¢iime sokulmasi oldukca giictiir. Ikincisi, pratik ¢calismalar veri
kullanilabilirligini dikkate alabilse de genellikle teorik olarak eksiktirler ve bircogu
patent kalitesinin bulusun igerigi veya patent yazimi kalitesi gibi verileri géz ard1 eden
ve tlm yonlerini dahil etmede basarisiz olan is takibi verilerine dayanarak inceleme
kalitesini 6l¢mektedir. Ugiinciisii, ankete dayal1 ¢alismalar iilkeler arasinda, teknolojik
siiflar arasinda ve zaman iginde farkli sartlar olustugundan dolay1 anlamhi sekilde

karsilastirilamaz.

3.4. Patentte Kalite ve Deger Farki

Patentte kalite patent belgesinin ¢ok boyutlu karmasik yapisini biitiinciil olarak ele
alarak teknik 6zelliklerinin ifade edilmesidir. Patent degeri ise bir varlik olan patent
belgesine sahip olmanin gelecekte getirecegi tiim faydalarin bugiinkii karsiligidir.
Patent kalitesi cogunlukla siralama veya bir Olcek iizerinde derecelendirme ile
anlasilirken patent degeri tanimindan da anlasilacagi tizere parasal bir karsilik bulma
ile anlamli hale gelmektedir. Patent belgesinde yer alan bulusun nasil ifade edildigi,
koruma kapsaminin genisligi veya patent tescil slirecinde ne kadar iyi savunuldugu
gibi degerlendirmeler ile patentin kalite boyutu ilgilenirken patenti b bir yatirim olarak
ele alip patent belgesi elde edilene kadar yapilan masraflar ve piyasa sartlarindan

hareketle fiyatlama boyutu ile patent degeri kismi ilgilenmektedir.

Ote yandan patent kalitesi ve degerine iliskin bir kanaate ulasmak icin fikri haklar
baglaminda bir yaklasim gerekmektedir. Fikri haklar alaninda yapilan ¢alismalarda
birgok farkli disiplin bir araya gelmekte ve farkli alanlarda farkli degerler
yaratilmaktadir. Patentlerin ekonomik olmayan degeri, her yil neden bu kadar ¢ok
patent bagvurusunun yapildigin ve siirdiiriildiigiinii gosterebilir (Murphy ve dig., 2012,
ss. 5-6). Her mal ve hizmette oldugu gibi patentte de kalite ve deger 6l¢timiinii mutlak
veya kati olarak ayirmak miimkiin olmamaktadir. Patentlerin yarattigi deger ile
patentlerin kalitesi birbiriyle ilintili olmasina ragmen dogrudan bir iliskiye sahip olup

olmadiklart ile ilgili farkli goriisler bulunmaktadir.

Bu goriislerden biri de patent degeri ve kalitesi patentlerin portfoy icinde kullanim
amaciyla ilintili oldugudur. Patent kullanimi iizerine yapilan bir arastirmada
patentlerin 4 farkli kullanim sekli oldugundan bahsedilmektedir. Bunlar Cizelge 3.1°de
gorulebilen, korumaci veya saldirgan bir 6lgek tizerinde farkli amaglara hizmet eden

ve is sahasina gore degiskenlik gosteren kullanim sekilleridir (Leinonen, 2011).
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Cizelge 3.2 : Patentlerin kulanim sekilleri.

Kullanim Amaci
. Rekabette dogrudan kullanim1 olmaksiniz ar-ge performans ¢iktisi
I¢ kullanim .
yaratma ve aragtirmaci tesvik etme
Sinyal Rakipleri yaniltma ve imaj yaratma
verme
Erisim Lisans anlagmalarinda pazarlik kozu veya rekabette kendi
saglayict standartlarini elde ederek ihlalden kaginma
Aktif ihlal izleme yoluyla rakiplerin trtinlerinde ihlal tespit ederek
Tikama lisans geliri elde etme veya rakip Grlintn piyasaya surulmesini
engelleme

Yukarida yer verilen kullanim amaglarinda i¢ kullanim ve sinyal verme stratejilerinde
genellikle patent bagvuru ve tescil sayilart artirilarak nicel bir deger elde etme
amagclanirken, erisim saglayici ve tikama stratejilerinde patent kalitesi (zerinde
yogunlasarak rekabette dogrudan etkili, hukuki uyusmazliklara yol agacak ve yenilik¢i
firma imajma katki sunacak niteligi yiliksek patent portfoyii olusturma

amaclanmaktadir.

Literatiirde yapilan patent degeri lizerine ¢alismalarda genellikle pazar ve arz-talep
dengesi gozetilerek patente ekonomik bir deger bigilmesi amaglanmaktadir. Bu
caligmalardan birinde patentin kalitesine dair herhangi bir faktor dikkate alinmamakta
ve bir degere sahip patente alicilar tarafindan bir fiyat bigilerek fiyatin bir gosterge

olmasi i¢in en az bes faktor gerektigi ifade edilmektedir:

- Pazar kosullar (islem zamanindaki fiyat degeri yansitsa da bu fiyatin degerlemenin

yapilacagi zaman i¢in de degeri yansitip yansitmadigi vb.)

- Pazar yeri (fiyatin ortaya ¢iktig1 islemin gerceklestigi zamanda efektif bir piyasanin
var olup olmadig1, pazarin alicinin mi1 yoksa saticinin m1 pazari oldugu, rekabet¢i fiyat
tekliflerinin verildigi bir islem olup olmadigi, patentin islem gerceklesene kadar kag

giin/ay/y1l piyasada bekledigi vb.)
- Alict ve satict giidiileri (her iki tarafin islem i¢in istekli olup olmadiklar1 vb.)

- Odeme sekilleri (6demenin nakit ya da baska bir sekilde mi gerceklestigi, ddemenin

islem sirasinda mi1 sonra m1 gergeklestigi vb.)

- Islemin elemanlar1 (islemin sadece patent i¢in mi yoksa patentle birlikte baska
varliklar i¢in mi gergeklestigi, islem disinda garanti, gelistirme, kullanom vb.

anlagmalarin da imzalanip imzalanmadigi vb.) (Reilly ve dig, 1998).
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S6z konusu kriterler belirlenen degerin tamamen piyasa kosullarindan temel almasi
saglanmaktadir. Patent Kkalitesi goOstergelerini de dikkate aldigimizda patent
degerlemesini zorlagtiran bir diger unsur da patent degerine etki eden ¢ok sayida
faktoriin bulunmasidir. Saglikli degerlemeler igin bu faktorlerin tespit edilmesi ve
bunlar hakkinda bilgi temin edilmesi gerekmektedir. Cesitli kaynaklarda belirtilen bu

faktorlerden bazilarina;

- kullanim sekli,

- patentin kullanilmasi/kullanilmamast,

- bulusun yeniligi,

- patentli iirlin ya da hizmetin pazar pay1,

- pazarin biiyiiyor/kii¢iiliiyor olmast,

- genis bir lirlin/hizmet alaninda ve sanayi kolunda kullanilabilir/kullanilamaz olmasi,
- ticari uygulanabilirligi,

- ticarilesmesi i¢in yiiksek/diisiik maliyet gerektirmesi,

- ticarilesmesi i¢in ¢ok/az vasita olmasi,

- bulusun altinda yatan teknolojinin kendini ispatlamis/ispatlanmamis olmasi

(tirin/hizmet olarak tutarl seklide kullaniliyor/kullanilmiyor olmasz),
- ilgili teknoloji i¢in rekabetin olmasi/olmamasi,
- teknolojiye talebin karsilanabiliyor/karsilanamiyor olmast,

- bulus ile ilgili devam eden gelistirmelerin olmasi/olmamasi (varsa yiiksek/diisiik

maliyet gerektirmesi),

- bulusun sagladig1 ¢6ziime bagka alternatif yollarin olmasi/olmamasi,
- bulusun uygulanmasinin maliyeti,

- hak sahibinin yonetim becerileri,

- bagarili olarak lisanslanmis/lisanslanmamis olmasi,

- patent ile saglanan kar veya sermaye geri doniis oranlari,

- degerlemenin yapildig1 zaman ve sartlar,

- degerlemenin kim tarafindan gerceklestirildigi,
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- degerlemenin tek bir patent i¢in ya da portfdy i¢in yapilmasi Ornek olarak

gosterilebilir (Martin ve Drews, 2006).

Yukarida yer alan bulusun yeniligi, kullanim durumu, alternatif olup olmamasu, ilgili
teknolojide rekabetin olup olmamasi gibi kalite gostergeleri bulunurken pazarin
blylme durumu, ticari fizibilite, patent lizerinden kar ve sermaye geri doniis oranlari
gibi deger gostergeleri yer almaktadir. Dolayisiyla hem nitel hem nicel birtakim

kriterler birlikte ele alinmaktadir.

Yapilan ¢aligmalarin da gosterdigi {izere bir patentin kalitesinin tanimlamamiz igin
gereken unsurlar genellikle nicel degerlemelerden uzak ve daha cok patentin salt
kendindeki yeterliliklerini 6l¢gmeyi saglayan bilgiler olarak ele alinabilir. Bu konuyla
alakali degerleme Ozelinde yapilan ve Cromley (2004) tarafindan yiiriitiilen bir
aragtirma sonucu Amerikan Patentlerine deger vermek i¢in asagidaki 20 adim

belirlenmistir:
1- Patentin gegerliligini kontrol etme
2- Baglam belirleme

3- Veri toplama (patent bagvurulari, ekonomik veriler, ilgili is plani, pazarlama

caligmasi gibi)

4- Tekellerin, patent hukukunun, is degerlemesinin, becerilerin ve teknolojinin arka

planinin uzmanlig1 olan bir degerleme ekibi olusturma
5- Patenti okuma (bulusun kapsamu, istemler, ayrintili agiklama)

6- Patentin kapsamini aragtirma (istem boliimii, patentin kapsamini ve istemlerinin

pazarla iligkisini anlamak i¢in en 6nemli temeldir)
7- Patent vekili ile goriisme

8- Patentin hiikiimsiizliiliigiinii kontrol etme (patent, mahkeme kararina gore gecersiz

olmamalidir)

9- Engelleyici patentleri kontrol etme (Patentiniz baskasinin patentini ihlal ediyorsa,

basvuruyu patentte kullanamazsiniz.)

10- Patentler arasindaki sinerjileri tasarlama (ilgili patentlerin bir portfyii, patentlerin

bloke olmasini engelleyebileceginden tek bir patentten daha degerli olabilir.)
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11- Yabanci patent korumasini arastirma (Cokuluslu sistemlerde tescilli gegerli bir

patent daha biiylik bir pazara sahip olacak ve daha fazla degere sahip olacaktir.)
12- Patentin kalan émrin( hesaplama
13- Patent icin 6denen Onceki telif haklarini aragtirma

14- Patentle ilgili fiili davalar1 arastirma (Eger bir patent davasi agilmissa, degerini
etkiler.)

15- Bir sonraki en iyi alternatif teknolojileri belirleme (Rakip teknolojileri analiz etme)

16- Patentli kalem igin bir talep egrisi tahmin etme (ilgili sektdrde pazar arastirmast,

anket vb. talep egrisi tahmini (farkli fiyatlar i¢in beklenen gelirin hesaplanmast))
17- Patentli {iriiniin kar maksimizasyonu noktasini belirtme
18- Geleneksel degerleme yaklasimlarinin uygulanabilirligini kavrama

19- Gelir yontemleri ile degerleme yapma (Telif bazli yontemler, kar-katki1 yontemleri,

satig tahminleri ve iskonto orani)

20- Patent degerleme raporu hazirlama (Degerleme raporu, patentlerin degerini, analiz

varsayimlarinin sinirlamalarini ve uygulanan prosediirleri igermelidir)

Benzer sekilde patentin tescilli olup olmadigindan baglayarak patent kapsami, kalan
omiir, alternatifliligi veya uyusmazIliga konu olup olmamasi gibi patent kalitesine ait
faktorler belirlenmekte ve son olarak patentin degerinin belirlenmesine yonelik gelir

yontemleri kullanilarak ekonomik bir ¢ikt1 alinmasi1 amaglanmaktadir.

Dolayisiyla, fikri haklar yonetimi ve portfoy degerlendirmesi yapilan kurumlarda i¢
karar verme mekanizmalar1 6zelinde parasal degerlerin disinda pek ¢ok farkli kriter
belirlenmektedir. Soyut bir varlik olarak degerlendirilen fikri haklara bir deger
bi¢ilmesi pek miimkiin olmamakta ve kar amaci1 giiden kurumlarin ticari sir olarak
tuttugu verilerden dolay1 veri giivenilirli§i sorunu yasanmaktadir. Kisacasi, gayri
maddi bir mal olan patentin gelecekteki degeri veya teknolojinin mevcut durumu ile

daha yakindan iligkili sonuglar elde edilememektedir.

Patent kalite gostergelerinin patentin kalitesi veya degeriyle iliskisinin incelemek
acisindan genellikle belirli sayida satisa veya lisansa konu olmus patentlerin ortak
ozellikleri incelenmektedir. Ornegin bu tip kalite gdstergeleri Ve patent degeri analizi

caligmalarinin en bilinenlerinden biri patent devir ve lisanslamanin en fazla oldugu
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Ulkelerden ABD’de, Sneed ve Johnson (2009) patent satislarini Ocean Tomo adi
verilen patent igslemleri icin belirli bir platformda analiz edilmesidir. Bu platform
periyodik patent agik artirmalari sunmaktadir. Bireysel bulusgular, yatirimeilar,
akademik kurumlar, 6zel sirketler ve devlet kurumlari, Ocean Tomo platformundaki
acik artirmalar1 kullanarak patentlerini satmaya calisirlar. A¢ik artirmalarda patentler
ya lotlar halinde ya da tek tek patentler halinde satilmaktadir. Sneed ve Johnson (2009)
satig fiyatlar1 ile farkli patent kalitesi gostergeleri arasindaki iliskiyi incelemektedir.
Sonuglari, IPC smiflarinin sayisinin, patent ailesindeki tilke sayisinin, tescil siiresinin
ve patent yasinin patent degeri iizerinde dnemli bir olumsuz etkiye sahip oldugunu
yani bu kriterlere ait degerlerin arttitkga patentin satis fiyatinin distiigiini
gostermektedir. Patentin yasi en 6nemli olumsuz etkiyi gostermektedir. Her ne kadar
istem sayis1 ve buluscu sayist olumsuz etkilere sahip olsa da her ikisi de degeri gorece
daha az etkilemektedir. Ileri atiflar satis fiyat: iizerinde en olumlu etkiye sahiptir.
Sahiplerince sik¢a patent basvurusunda bulunulan patentler, nadiren patent
bagvurusunda bulunan sahiplerinkinden daha degerlidir. Geri atiflar genel olarak

onemsiz de olsa patent degeri lizerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Sreekumaran(2011) ayrica Ocean Tomo acik artirmalarini incelemistir. Patentlerin
satig fiyat1 ile patent kalite gostergeleri olan ileri atiflar, geriye dogru atiflar,
genellik(generality), 6zgilinliik(originality), yas, aile biiylkligii ve teknoloji alam
arasindaki iligskiyi incelemistir. Yaptiklart analizler, sadece ileri atiflarin ve patent
ailesi biiytikliigliniin patentlerin satis fiyat: tizerinde olumlu bir etkiye sahip oldugunu
gostermektedir. Buna gore diger kalite belirleyicilerin patent degeri lizerinde pozitif
veya negatif anlamli bir etkisi yoktur. Tiim kriterler i¢erisinde ileri atiflar ile patent

aile biiytikliigiiniin toplam etkisi yiizde 14,79'dur.

Fischer, Timo ve Leidinger (2014) de ayrica Ocean Tomo’nun agik artirma verileriyle
patent degerini incelemistir. Elde ettikleri sonuglar, ileri atif sayisindaki artig, geriye
doniik atif sayisindaki artig, daha yiiksek genellik ve daha biiyiik aile biiytikligi ile
patentlerin satin alinma olasiliginin arttigin1 géstermektedir. Diger yandan, sonuglari
patentlerin satin alinma olasiliginin patent yasiyla birlikte azaldigini1 gostermektedir.
Daha eski patentler daha yeni olanlara gore daha diisiik bir olasilikla satilmaktadir.

Cizelge 3.3’te yapilan arastirma bulgular1 ve deger gosterge iligkisi goriilebilmektedir.
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Cizelge 3.3 : Ocean Tomo agik artirmalari tizerine ¢alismalar.

Birincil Sneed ve Sreekumaran ve Fischer ve
Gosterge Johnson(2009) dig.(2011) dig.(2014)
lleri atiflar | Yiksek olumlu etki  Yiksek olumlu etki Yiksek olumlu
etki
Geri atiflar Cok diisiik olumlu Anlamli degil Yiksek olumlu
etki etki
Patent yasi Yiksek olumsuz Anlamli degil Yuksek olumsuz
etki etki
Patent aile Y uksek olumsuz Y iksek olumlu etki Yuksek olumlu
boyu etki etki
IPC simif Yuksek olumsuz Anlamli degil Anlamli degil
sayisl etki
Tescil stresi Yuksek olumsuz Uygulanabilir degil Uygulanabilir
etki degil
Istem sayis1 Cok diistik olumlu Uygulanabilir degil Uygulanabilir
etki degil
Buluscu sayisi | Cok diisiik olumlu Uygulanabilir degil Uygulanabilir
etki degil
Patent Uygulanabilir degil Anlamli degil Yiksek olumlu
genelligi etki
Patent Uygulanabilir degil Anlamli degil Uygulanabilir
Ozglinligl degil

Bir diger Cin patentleri 6zelinde yapilan bir patent kalitesi gdstergeleri arastirmasinda
gostergeler temel olarak dorde bolinmekte ve birincil gosterge olarak
adlandirilmaktadir: bulus kalitesi, basvuru dokiimani kalitesi, arastirma kalitesi ve
ticarilestirme kalitesi (Hefa, 2010). Cizelge 3.4 igerisinde tim alt godstergeler ve
sirastyla iiglinciil gdstergelerin agirliklandirma paylart verilmektedir. Ornegin bulus
kalitesinin altinda ikincil gostergeler olarak bulus temeli (ar-ge haracamalar1), yasal
olarak tescil basarist (tescil oranlar1) ve bulus yiiksekligi (ileri atif sayisinin tescil
sayisina orani) agiklanmaktadir. Belirli bir denklem igerisinde agirliklandirmalar
yaparak bir kalite endeksi olusturulmaktadir. Cin patentleri 6zelinde ortalama patent
sayilarinin gelismis iilkelerle karsilagtirmali olarak hesaplandigi, hiikiimetin tesvik
paketlerinin patent kalitelerini etkiledigi, cok fazla patent yazimi oldugu i¢in vekillerin
diisiik nitelikte bagvurular yazdig1 ve son olarak senelik lisans ve imtiyaz iicretlerinin
gelismis {iilkelere kiyasla olduk¢a diisiik olduguna dikkat ¢ekilmektedir. Cizelgede
3.4’te yer alan iiciinciil gostergelerin agirliklandirmalar1 daha 6nceden yapilan uzman
caligmalar1 temel alinarak yapilmistir ve ilk {i¢ birincil gosterge agirliklandirmalariyla
carpilarak toplanmakta fakat dordiinci gosterge olan ticarilestirme kalitesi tiim

denkleme ¢arpan etkisi yapmaktadir. Buradaki temel motivasyon ise patent kalitesinin
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farkli boyutlar1 arasinda olusan iliskidir. Ticarilestirme kalitesi gorece diisiik bir

patentin diger kalite gostergeleri ne olursa olsun diisiik degere sahip oldugu kabul

edilmektedir.
Cizelge 3.4 : Patent kalite gostergeleri.
Birincil Ikincil Uclincill Gosterge Agirlik
Gosterge Gosterge
Bulus kalitesi | Bulus temeli, Bagvuru basina ar-ge girdisi, Tescil 0.3, 0.4,
Yasal sartlar1 orani, Tiim tescilli patentlere gore 0.3
saglama, Bulus normalize edilen alint1 sayist
yiiksekligi
Basvuru dosya Tarifname Tarifname sayfa sayisi, Istem sayis1 0.5, 05
kalitesi kalitesi, Istem
kalitesi
Inceleme Dizeltme Incelemede ortalama X, Y 0.3, 0.3,
kalitesi kalitesi, Sabit dokiimani sayis1, Incelemede olan 0.3, 0.1
inceleme patent sayisinin ilk aksiyona orani,
kalitesi Tekrar inceleme ve iptal kararlarinin
orani, Gegersiz kilma taleplerinin
tiim gecersiz kilma taleplerine orani
Ticarilestirme Ekonomik Gecgmis 5 yilda gegerli olan 0.25,
kalitesi temel, patentlerin tiim patentlere orani, 5 0.25,
Ekonomik yildan fazla 6mrii olan patentlerin 0.5
deger gecerli olan patentlere orani, Telif
ve lisans bedellerinin patent sayisina
orani

Kisacasi, yapilan ¢aligmalarda yer alan kalite ve deger ikiligi devam etmekte, heniiz
patentin niteligine dair kalite gostergelerinin patentin ekonomik degeri ile olan iliskisi
net olarak tespit edilememektedir. Yapilan patent kalite gostergelerinin patentin satig
veya lisans degerine etki edebilecegi varsayimiyla arastirmalar yapilmakta fakat fikri
miilkiyetlerin fiyatlanmasindaki belirsizlikler sonucu hassas ve kesin sonuclar elde

edilememektedir.

3.5. Patent Kalite Kriterleri

Patent kalitesi patente dair nesnel veya 0znel yargilar igermesi bakimindan farkli
kriterlerle 6l¢iimlenebilmektedir. Bu ¢alismaya konu kalite kriterleri patentin tamamen
nesnel degerlendirmesine bagli objektif kriterler ve genellikle bir uzman goriisii iceren

oznel degerlendirmeye bagli objektif kriterler olarak ikiye ayrilmaktadir.

3.5.1. Objektif kriterler
Patent kalitesi Olglimlenirken patentin teknik Ozelliklerinden kaynaklanan tarafsiz

birtakim unsurlar bulunmakta ve bunlar genellikle niimerik olarak ifade edilip kisiden
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kisiye degismeyen yargilar tasimaktadir. Bu tip 6zellikler patent kalitesinde objektif
kriterler olarak tanimlanmakta olup ilk boéliimde agiklanmakta olan dolayh
gostergelerle benzesmektedir. Bu boliimde bulus kalitesi, bulusu patente doniistiiren
fikri haklar uzmani kalitesi ve bulusun yer aldig1 teknolojik sinif kalitesi gibi pek ¢ok
acidan patentin  korudugu gelistirmenin ¢ok boyutlu karmasik yapisinm
derecelendirebilecek kriterle ilgili ¢alismalar ve bunlara ek mantiksal c¢ikarimlar
anlatilacaktir. Ele alinan kriterler dnceki boliimde islenen patent kalitesiyle iliskili
caligmalarin biitiini diisiintilerek patent kalitesini en genis anlamda kapsayabilecek
bicimde belirlenmistir. Bu kriterlerin patent kalitesiyle icin neden gosterge kabul
edilebilecegine iliskin mevcut aragtirmalar ve temellendirmeler 15181nda agiklamalar

yapilmasi hedeflenmektedir.

3.5.1.1. Istem

Istem Kavram

Istemler, korunmasi istenen bulusun teknik &zelliklerini tanimlayan tek ciimlelik
ifadelerdir (Haupt ve dig., 2007). Patentten dogan koruma kapsamini tespit etmekte
istemler kullanilmaktadir. Istemler, bulusun ¢alismasi igin asgari unsurlar icermelidir
ve sadece teknik faydalar ile tanimlanmamalidir. istemlerin kapsamu ile ilgili sinirlar
cizilirken tarifname ve varsa resimler tarafindan desteklenme sarti bulunmaktadir.
Bunun temel sebebi patentin verdigi miinhasir hakkin teknige yapilan katki
bakimindan bir karsihiginin olmasidir. (Oztiirk, 2008, s. 26) Bu durum Tirk
mevzuatinca da istemin sinirlart ve amaglari genel olarak anlatilmaktadir (SMK,
madde 89,92). Genel olarak istemin patentin koruma kapsamini belirledigi, istemin
yorumlanmasinda resimler ve tarifnamenin kullanilabilecegi ve bulus konusunun ilgili
oldugu teknik alanda uzman bir kisi tarafindan bulusun uygulanabilmesini saglayacak
sekilde yeterince acik ve tam olarak istemler ve onun dayanagi olan tarifnamede
anlatilmasi gerektigi vurgulanmaktadir. Her ne kadar istemler tarifnameden bagimsiz
olarak distliniilemese de koruma kapsaminin istemlerle smirli oldugunu ve
belirtilmemis bir unsurun yorum yoluyla eklenerek koruma kapsamini

genisletemeyecegini de eklemek gerekir (Oztiirk, 2008).

Istemlerin koruma smirini belirleyen bir diger husus tescil siireci, tescil sonrast
istemlerin degisebilme ihtimalleri ve bunun yasalar nezdindeki karsiligidir. Istemlerin
koruma kapsami tescile kadar bagvuru haliyle degerlendirilirken tescil ve tescilden

sonraki itiraz veya hiikiimsiizlilk davasina bagl istem degisimleri patentin koruma
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kapsamini istemlerin degismis haliyle ge¢mise doniik olarak belirlemektedir (SMK,
madde 89). Ornegin bir buluscu A unsurunu igeren bir buzdolab1 anlatan bir isteme
sahip patent bagvurusunda bulunup sonradan patent ofisinin tadilatlar1 dogrultusunda
A+B unsurlarii i¢eren bir buzdolabi olarak tescil almis ise diger kisilerin patent
haklarini ne zaman ihlal ettigine bakilmaksizin sadece A+B unsuru i¢eren buzdolaplari
icin patent tecaviizii iddiasinda bulunabilmektedir. Dolayisiyla istemlerin mahkeme ya
da ofis karartyla belirlenen son hali patentin bagvurudan itibaren koruma kapsamini

belirler.

Istemlerin ne gibi islevleri olabilecegi konusunda tanimlama, talep etme ve kamunun
uyarilmasi olarak ii¢ farkli islev tamimlanmaktadir (Unal, 2008). Cizelge 3.5’te de
goriilebilecegi lizere tanimlama ve talep etme islevi istenen hakkin tanimlanarak
siirlariin ¢izilmesi boyutlarint ifade ederken bulusgunun karsiliginda verecegi
toplumsal kazanim ise bulusun agik ve net olarak anlatilmasi sonucu kamuyu
bilgilendirme islevi ile yerine getirilmektedir. Tanimlama islevi istemin igerigi ile
dogrudan ilgili olup iki farkli gereksinimi karsilamalidir. Bunlardan ilki teknik
Ozelliklerdir. Bu fiziksel 6zellikler; bir {iriin, aparat, makine gibi fiziksel bir varlik i¢in,
o fiziksel varliga ait fiziksel parametrelerken; bir yontem, usul gibi bir aktivite i¢in, bu
aktivitenin meydana gelmesi icin gereken fiziksel islem adimlaridir. Bunun gibi
islevsel oOzellikler veya kullannom amaglari da bulusun teknik 6zelliklerinin
anlasilmasina yardimei oldugu ve teknik yonleri bulundugu takdirde istemlere konu

olabilir (EPC, rule 43).

Ikinci olarak ise istem bulusun teknik problemi ¢ozmesi icin gereken teknik 6zelliklere
sahip olmal1 yani asli unsurlar1 icermelidir (Unal, 2008). Kisacas1 isteme konu edilen
bulus, istemde yer alan Ozellikleri baz alinarak uygulandiginda teknigin bilinen

durumunda yer alan problemi ¢ozecek yeterlilikte olmalidir.

Ozellikle istemin korudugu siirli alan(signpost) ve bunun periferisinde(fencepost) yer
alan teknik alan genisligi diisiiniildiigiinde hem talep etme hem kamuyu bilgilendirme
islevi toplumsal agidan biiyiik 6nem arz etmektedir (Burk ve Lemley, 2008). Kamunun
uyarilma islevi bulusla ilgili detayli agiklamanin yer aldig: tarifname kisminda da
goriilse de tarifnamenin kaynagi ve teknikte asikar olmayan ¢6ziimiin yer aldig: asil

kisim olmasi itibariyle istemler kamunun uyarilmasinda asil rolii oynamaktadir.
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Cizelge 3.5: Istemlerin islevleri.

Islev Aciklama
Tanimlama Islevi Uzerinde patent hakki tesis edilecek bulusun kapsamini
tanimlar.
Talep Etme Islevi Bagvuru sahibine taninan koruma sinirlarini gizer.
Kamu Uyarilma Bulusunu net ve agik olarak ortaya koyarak kamu koruma
Islevi kapsami1 bakimindan uyarilmaktadir.

Bir istem genellikle korudugu bulusun karakteristigine gére yazilmakta ve buna bagh
olarak ¢esitli istem kategorileri ortaya ¢ikmaktadir. Asagida yer alan Cizelge 3.6’da
anlatilan ve Avrupa Patent Sozlesmesi (EPC) tarafindan da kabul edilen
siniflandirmada genel olarak iirlin ve usul olmak tizere iki ayri istem kategorisi
bulunmaktadir (EPC, rule 42). Bu ayrim bir fiziki yapiya isaret eden Uriin istemleri ve
bir aktivite talep eden usul istemleri olarak da tanimlanabilmektedir. Bir cihaz patentle
korunurken fiziki yapiya bagli bir koruma istenirse iiriin istemleri, bir etkinlige bagh

koruma istenirse usul istemleri yazilmaktadir.

Cizelge 3.6 : Istem Kkategorileri.

Istem Aciklama
Cesitleri
Uriin Yeni kesfedilmis bir cihazin ya da tertibatin biitiin bilesenleriyle

birlikte tesekkiil etmis hali ya da belli birkag parcasi veya zaten var
olan bir cihazin iglevselligini artirmak i¢in eklenmis yeni bilesenler ya
da mevcutta var olan bilesenlerin daha muntazaman bir araya
getirilerek ortaya ¢ikarilan gelismis bir cihaz olarak diisiiniilebilir

(Oztiirk, 2008). Cihazt meydana getiren aparat benzeri unsurlar da bu

kapsamdadir.

Usul Herhangi bir teknik sonucu elde etmek i¢in uygulanan bir dizi islem
adimi olarak diisiiniilebilir. Aktiviteye bagli ve tiriinlerle kullanmaya
uygun yapidadir. Mevcutta var olan bir {irliniin, kullanildig1r duruma

veya aktiviteye gore yeni bir takim teknik etkiler meydana getirmesine

bagl kullanimlar da bu kapsamdadir.

Istemlerin kendi i¢lerinde kategorileri bulundugu gibi kendi aralarinda bir hiyerarsisi
de bulunmaktadir. Istemlerin birbiri iizerine eklemlenecek sekilde kurgulanmalari
veya diger istemlerden bagimsiz yazilmalari miimkiindiir. Bu da istemler arasi bir
hiyerarsi oldugunu gostermektedir. Cizelge 3.7°de istem hiyerarsisi icinde

smiflandirilan istem tiirleri gorilmektedir (Manual, 2018).

Bagimsiz istem, bulusun biitiin asli unsurlarina haiz olan istemdir. Asli unsur, énceki
konularda da deginildigi gibi, bulusun, teknigin bilinen durumunda uzman bir kisi

tarafindan, hedeflenen teknik etkiyi doguracak yeterlilikte gerceklestirilebilmesi igin
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olmazsa olmaz teknik ozelliklerdir. Bu baglamda bir bagimsiz istem, ihtiva ettigi
teknik Ozellikler bakiminda hayata gegirildiginde, ortaya ¢ikan bulus, basvuru
sahibinin koruma altina almak istedigi bulusun aynist olmalidir (TPMK, 2007).

Cizelge 3.7 : Istem hiyerarsisi.

[stem Aciklama
Hiyerarsisi
Bagimhi Kendinden bagka istemlere atifta bulunan, boylece koruma

kapsaminin tespiti i¢in atifta bulundugu diger istemlere de bagimli
olan istemlerdir.
Bagimsiz Bir bagka isteme atifta bulunmayan, bu sebeple talep ettigi koruma
kapsaminin belirlenebilmesi i¢in baska isteme ihtiyact olmayan
istemlerdir

Genellikle ilk istemler gérece genis kapsamli bir bagimsiz istemdir (Oztiirk, 2008).
Birbiriyle tamamlayic1 veya iliskili ¢alisan tirtinlerin bulunmasi haricinde tek bir istem
kategorisinde tek bir bagimsiz istem yazilabilmekte aksi halde bulus biitiinligiiniin
saglanamamasi olarak adlandirilan sorun ortaya ¢ikmaktadir. Bir diger deyisle,
istemler igerisinde yer alan iki bagimsiz iiriin veya usul istemi istisnai haller disinda

bulunmasi miimkiin olamamaktadir.

Bagimli istemler ise bagli oldugu istemin biitiin teknik 6zelliklerini icerir (Manual,
2018). Baglit oldugu istemlerdeki teknik unsurlarin detaylarini ve ek ozelliklerini
aciklar. Her bagimli istem nihai olarak bir bagimsiz isteme dayanmaktadir. Bu agidan
bakilinca, bagimsiz istemde asli unsurlartyla tanimlanmis olan bulusu, detaylandirmak,
ilave oOzelliklerini agiklamak i¢in bagimli istemler kullanilir. Bagimli istemlerin
temelde islevi hem ofis tarafindan hem tigiincii sahislarca patent bagvurusu ve tesciline
kars1 yapilan yenilik veya bulus basamag ataklarina daha giiclii bir dayanak olusturma
ve istemlerin kapsamini daraltmak ig¢in tarifnameden beslenen belirli vurgular
yaratmaktir (Manual, 2018). Dolayisiyla hem tescil alirken hem tescil sonrasi itiraz
veya hiikiimstizliik talebi durumlarinda alt istemler bulusu daraltarak korumak igin bir
isaret¢i olarak kabul edilmektedir. Boylece genis kapsamli istem ya da istemler bilinen
teknikte yer aldiklar1 iddiasiyla hiikiimsiiz kilinsalar dahi istem hiyerarsisi takip

edilerek daha dar kapsamli bir korumayla devam edebilecektir.

Ozellikle bulusun koruma kapsami igin belirleyici olan ilk istem igerisinde de béliimler
bulunmaktadir. Genel olarak inceledigimizde bir istemin asagidaki 3 kisimdan

miitesekkil oldugunu goriiriiz (Kayakoki, 2014, s. 47).

- Giris (Preamble): Bulusu tanimlayan kisim
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- Govde (Body): Bulusa iliskin teknik 6zelliklerin oldugu kisim

- Gegis Ifadesi (Transitional Phrase): Giris kismi ile gdovde kismini birbirine baglayan

kisim

Diinyaca kullanilan istem yapilar diisiiniildiigiinde, karsimiza esas olarak; iki parcali
istem yapist ile bunun disinda kalan diger istem yapilar1 ¢tkmaktadir. iki pargal istem
yapisinda da bulunan giris kisminda, bulusu tanimlamak ic¢in kullanilacak teknik
Ozelliklere yer verilirken bulusla baglantili olan teknik ozelliklerin dahil edilmesi
yeterlidir (Guidelines for Examination, 2019, F-IV 4.5.3). Ornegin bulus, yeni bir tip
fotograf makinesi ise ve bulusu bilinen diger fotograf makinelerinden {istiin kilan
Ozellikler objektif kapagina iliskinse giris kisminin, “Bir objektif kapagi igeren bir
fotograf makinesi olup; “seklinde yazilmasi yeterlidir. Fotograf makinesinin diger
unsurlari olan mercek, vizor gibi pargalarin, bulusla alakalari olmamasi sebebiyle, giris
kismina dahil edilmeleri gereksizdir. Bu istemin ikinci kisminda da objektif kapagi ile
ilgili koruma talep edilen gelistirmelere yer verilecektir (EPO, 2019d). Kisacas1 giris
kismi1 koruma kapsaminit dogrudan etkilemekte ve bulusun biitiinii i¢in referans
olusturmaktadir. iki pargali istem yapisinin esas gayesi, bulusun teknigin bilinen
durumuyla ortak olan noktalarini ve teknigin bilinen durumunu astigi 6zelliklerini
acik¢a ortaya koyabilmektir (Guidelines for Examination, 2019, F-IV, 2.2). Tiirk
mevzuatinda da iki pargali istemin ofisle iletisimde bulus iddiasinin oldugu kism1 daha
iyi anlatma amaci giidiilmesi yonetmelikte acik¢a vurgulanmaktadir. Yonetmelikte,
uygun olmasi halinde bilinen teknik ve korunmasi istenen 6zellikleri karakterize eden
iki ayr1 boliim seklinde yazilacagi ve "igeren, karakterize edilen, igerigi, -den olusan,
-den ibaret olan, olup 6zelligi, ayirt edici 6zelligi" gibi ifadelerle bu iki bolimiin
birbirinden ayrilacagi ifade edilmektedir (TPMK, 2017b, madde 76).

Ornegin, Tiirk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) 2018 yili i¢inde yapilan
2018/08035 basvuru nolu Argelik A.S firmasina ait bir “Bir Goriintiilleme Cihazi ve
Kontrol Yontemi” baslikli patent bagvurusunda toplamda 7 istem bulunmaktadir.
Birinci istem bir Grlinu koruyor iken yedinci istem ise iiriin ile kullanilmaya uygun bir

usuli korumaktadir.
Birinci istem,

Bir govde, gdvde igerisinde yer alan ve goriintileme islemini gerceklestiren bir ekran,
gorlintiileme cihazinin kontroliinii saglayan bir kontrol iinitesi igeren, kullanicinin 6nceden

belirledigi bilgilerin otomatik veya manuel olarak izleme siirecini sekteye ugratmadan ekranda
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kayan yazi veya bilgi balonu seklinde gosterilmesini saglayan kontrol initesi ile karakterize
edilen bir goriintiileme cihaz1. (Argelik, 2018, s. 7).
seklinde formiile edilmistir. Bu istemde “igeren” kismindan once teknigin bilinen
durumu(giris) vurgulanmakta ve “karakterize edilen” ifadesiyle ise yenilik ve bulus
basamagi iceren kisim(gdvde) vurgulanarak bagimsiz bir {riin  istemi

olusturulmaktadir.

2 ve 6 arasi istemler ise birinci isteme bagl istemlerdir. Ornegin 2 numaral1 istem
“Ekranda gosterilecek bilgileri goriintiileme cihazinda yayinda olan kanalin
teleteksinden ¢eken kontrol iinitesi ile karakterize edilen istem 1’deki gibi bir
goriintiileme cihazi.” olarak ifade edilmistir (Argelik, 2018, s. 7). Bu istemde 1
numarali istemde korunmak istenen goriintiileme cihazinin bilgileri yayinda olan
kanalin teleteksinden c¢eken kontrol {initesine sahip olan versiyonundan
bahsedilmektedir. Boylelikle 1 numarali istemde tanimlanan bulusa nazaran ek
birtakim 6zellikler igeren bir {iriiniin korunmasi amaglanmaktadir. 3 ild 6 numarali
istemler de benzer niteliktedir. 7 numarali istem ise bagimsiz bir yontem istemi olarak
alttaki bulusu korumaktadir:

Yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir gériintiileme cihazinda kullanilmak {izere;

- gortintiilenmek istenen bilgilerin secilmesi

- bilgilerin otomatik veya manuel olarak gérintilenmesinin segilmesi

- bilgilerin kaynaginin secilmesi

- bilgilerin hangi araliklarla gosterileceginin segilmesi

- bilgilerin gosterilme seklinin segilmesi

- bilgilerin giincellenme sikliginin se¢ilmesi ile karakterize edilen bir kontrol yontemi. (Arcelik,

2018, . 8)

Dolayistyla ayn1 bulus icerisinde hem {iriin hem usule bagli koruma istem hiyerarsisi

saglanarak talep edilebilmektedir.
Istemlerin deger olciitii olarak kullamlmasi

Bu kisimda istem sayis1 ve ilk istem kelime sayisinin patent kalitesi iizerine etkileri

incelenecek ve nedenleri lizerine tartigilacaktir.

Istem sayisi
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Bir¢ok arastirmaci tarafindan istemlerin sayisi patent degeri igin Ol¢ii olarak
goriilmektedir. Istem sayis1 cogunlukla patentin bulundugu teknolojik alanin
derinligine ve karliligina bir referans olarak gosterilmektedir. Yani sira, istem sayisini
onemli kilan parametreler olduk¢a degiskenlik gostermektedir (OuYang ve Weng,
2011; Tong ve Frame, 1994; Harrigan ve dig., 2017).

Ik olarak istem sayisinin fazla olmasi patent tescilinden sonra gelen itirazlara ve
hiikiimsiizliik davalarina kars1 giiclii bir dayanak olusturmaktadir. Ozellikle eski
kullanim veya belge gosterilmesi durumunda bagimli istemleri ilk isteme tasima
yoluyla yapilan savunmalar sonucu patent tescili daraltilarak koruma devam
ettirilebilmektedir. Bu sayede teknigin bilinen durumunu agmak icin pek ¢ok segenek
sunularak patentin yiiksek degeri ile sirketin finansal giici daha iyi korunmaktadir
(Lerner, 1994; Shane, 2001). Patentin koruma kapsaminin smirlarint en genis
cizebilmek adina bu durum patent vekillerini, arastirma ve inceleme siireglerinde X ve
Y dokiimanlari olarak gosterilen yenilik ve bulus basamagi 6ldiiren dokiimanlara karsi
kullanabilecekleri daha fazla istem yazmaya tesvik etmektedir. Boylece tescil almadan
once incelemeden sorumlu patent ofisini ikna etme ve teknigin bilinen durumunu agsma
konusunda daha fazla secenege sahip olmaktadir. Ote yandan tescilden sonra ofis
nezdinde yapilan itirazlarda veya itiraz sonrasi donemde ulusal mahkemelerde acilan
hiikiimstizliik davalarinda istem sayilarinin yiiksek olmasi sonucu daralsa dahi patentin
gegersiz veya hiikiimsiiz kilinmasi oldukga zorlagsmaktadir. Temel sebebi ise 6zellikle
tescil edilen istem sayisinin yiiksek olmasinin bir bakima bilinen teknigi asarken
bulusun teknolojisinin ne kadar detayli veya alternatifli oldugunu da ifade eden bir
ol¢iit olarak goriilmesidir. Ornek vermek gerekirse basvuru asamasindaki 5 istemli bir
patentte ilk 4 istemi yenilik veya bulus basamagi kriterlerini saglamasa dahi besinci
istemini diger dort isteme tasiyarak tek istemle tescil alabilme ihtimali dogmaktadir.
Tescil aldiktan sonra ise sadece tek istem tizerinden itiraz veya hikimstzlik yoluyla
gecersiz kilinabilecek bu bulusun tescilden dogan hicbir hakki kalmadan tamamen
hiikiimsiiz olmas1 gorece az isteme sahip olmasinin dogal bir sonucu olarak yiiksek

ihtimal tasimaktadir.

Ikinci olarak istem sayis1 yiiksek patentlerin olusturdugu portfdylerde teknolojik smif
kapsamin1 genisletme sanst yiikselmektedir. (Lanjouw ve Schankerman ,2004)
Ozellikle bircok calismada bagimsiz istemlerin sayisi dikkate alinmakta ve bagimli

istemler, yontem istemleri veya kullanim istemleri gibi farkli istem hiyerarsisi ve
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kategorisinde yer alan istem sayilar1 toplaminda bulusun portfoy igerisindeki degeri
artmaktadir (Ernst, 2003). Ornegin &nceden de incelenen 2018/08035 nolu patent
bagvurusu altisi {irlin, biri usul olmak tizere yedi istem icermekte ve usul isteminde bir
kontrol yontemi anlatilmaktadir. Teorik olarak patentin iiriin istemleri patentlenebilir
bulunmasa dahi usule dair istemi farkli bir arastirma ve inceleme alaninda bulundugu

icin patentlenebilirlik kriterlerini saglamasi agisindan avantajhidir.

Ote yandan, istem sayis1 veya istem sayisina ait kategoriler iizerinden yapilan
degerlendirmelerde bazi1 dezavantajlar da bulunmaktadir. ilk olarak, literatiirde istem
sayi1s1 ve patent degeri arasinda pozitif bir korelasyon tespit edilse de istem yazilirken
EPO tarafindan konulan 15 tane istemin tizerindeki istemlere ek iicret alma disinda bir
kisit bulunmamaktadir. Ozellikle bu gibi fazladan iicretlendirme kriterlerine giren
patent basvurulari i¢in firma tarafindan degerli goriildiigiine ve koruma kapsaminin
stratejik olduguna dair bir varsayimda bulunulabilmektedir. EPO iizerinden bir
basvurunun 2020 yili itibariyle yaklasik 3000 Euro oldugu bilinmekte, yapilan
basvurularda 15 istemi asan her bir isteme 280 Euro, 50’yi asan her bir isteme 580
Euro alinmakta ve bu fazladan maliyete deger goriilen patentler i¢in de istem sayisinin

ayr1 bir kalite gostergesi olarak kullanilabilecegi diisiiniilmektedir (EPO, 2020).

Ikinci olarak, her patentin istem sayis1 bir 8l¢iit olarak alinacaksa bulundugu teknolojik
siif ve portfoyden bagimsiz diisiiniilemez. Bu da bazi ¢alismalarda her teknolojik sinif
icerisinde patentin istem sayisin1 normalize etmemiz ihtiyacinin dogdugu tezini ileri
stirmektedir (van Zeebroeck ve dig., 2011) En basit sekliyle agiklamak gerekirse, IPC
kodu A47L olan teknoloji sinifi igerisinde ortalama istem sayist 10 ve mevcut
patentiniz 8 istemli ise istem sayis1 lizerinden bir kriter olustururken 6rnek olarak 0.8
ile carpilarak normalize edilerek degerlendirilmesi ve tiim portfoylin bu sekilde
gOzden gecirilmesi gerektigi vurgulanmaktadir (Lee ve dig., 2007). Her teknoloji
sinifinin farkli dinamikleri oldugu asikér olsa da bu tip normalizasyonlar i¢in patent
veri tabanlar1 yoluyla istem sayilarinin patent kalitesi lizerindeki etkisi anlamli olacak
sekilde ortaya konmasi ve diger teknoloji smiflarindan ayristiginin vurgulanmasi

gerekmektedir.
Ik istem Kelime Sayisi

Istemden dogan ikincil parametreler (ilk istemin kelime sayisi, tarifname uzunlugu
veya istem tiirleri) oldukga yaniltici olabilmektedir. Literatiirde bulundugu {iizere,

patentlerin bagimli istemleri bagimsiz istemde agiklanan bulusun asgari unsurlarinin
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daha detayli uygulamalarina yer vermektedir. Patent basvurusu tescil surecinde,
bagimsiz istemin yenilik ve/veya bulus basamagi kriterlerini karsilamadigi durumlarda
bagimsiz istem diger bagimli istemlerle desteklenip koruma kapsami daraltilarak
tescile hak kazanilabilir. Ornegin televizyon ile kullanilan bir uzaktan kumandaya
birinci istem yazilmakta ve devam eden istemler igerisinde hem televizyon hem
kontrol yontemi hem de bunlarin kullanimi korunabilmektedir. Farkli istem tiirleri
patent sahibinin hareket alanini artirsa da her istem tasima veya istem daraltma islemi
patentin kapsaminda ve kalitesinde kayip yasatmakta ve rakipler i¢in ihlalden daha
kolay kaginilacak duruma gelinmektedir. En fazla istem sayisiyla ve en genis ilk
istemle koruma elde etmek bagvuru sahibi i¢in en genis haklari saglayabilmektedir.
Tipik olarak, istem korunmak istenen bulusun teknik unsurlarmi igerir. Ihlalle
suclanan riin ya da usulde bu teknik unsurlarin tamami bulunmakta ise istemin
koruma kapsami ihlal edilmis demektir. Bir bulus ne kadar fazla teknik unsur yani
kelime igermekteyse o kadar detayli tanimlanmis demektir. Paradoks gibi goriilse de
fazla sayida kelime igeren istemin koruma kapsami da daralmaktadir. Ciinkii ihlalle
suclanan Griin ya da usulde biitiin o 6zelliklerin bulunmasi gerekeceginden, bu teknik

unsurlarin bir tanesi bile yoksa ihlalin varlig1 s6z konusu olmayacaktir.

Daha fazla kelime eklemenin teknik tanim veya unsur eklemek anlamina gelecegi i¢in
istemi daraltmasi ve buna bagli ihlal edilebilirligini diisiirmesi muhtemeldir. Ozetle,
patentin dogas1 geregi daha az kelimeden olusan ilk istemlerin daha biylk koruma
alam yaratacag varsayimindan otiirii daha degerli oldugu asikardir. 1ki pargali veya
tek parcali istem yapis1 fark etmeksizin asli unsurlar1 (essential features) en az kelime
ile agik ve net anlatmak patent sahibi i¢in en biiylik koruma kapsamini
saglayacagindan dolay1 daha az kelime ve unsurdan olusan patent tescilleri rekabette
daha degerli hale gelmektedir (Guidelines for Examination, F 4.5.2).

Ote yandan, 6zellikle ilk istemde kendi teknolojik sinifina kiyasla az veya gok kelime
iceren patentler daha az ihlale konu olmaktadir. Bir ¢alismada Amerika’da yer alan
6000 civarinda hukuki ihtilafa konu olan patentlerin bagimsiz ilk istemleri igindeki
kelime sayilar1 incelenmekte ve belirli say1 araliklart en degersiz (25’ten kiiciik ve
250’den biiylik) veya belirli araliklar (60 ile 160 arasi) en degerli bulunmaktadir
(Oliver ve Costa, 2016). Bunun temel sebebi olarak ilk istem kelime sayisinin gorece
yiksek oldugu durumda bulusun ¢ok daraltilarak rekabette ¢ok sinirl bir isleve sahip

dar bir koruma elde etmesi ve ilk istem kelime sayisinin gorece kiiciik oldugu durumda
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ise rakiplerin izlemesi sonucu mahkeme veya patent ofisi yoluyla patentin gecersiz
kilinma ihtimalinin olduk¢a artmasi gosterilmektedir. Ek olarak, istemleri kisa ama
tarifnamesi detayli ve uzun patentlerin ¢ok daha yiliksek oranlarda yenileme
Ucretlerinin 6dendigine dair bir baska gorlis bulunmaktadir (Barney,2001). Bu
gorisiin asil dayanagi bulusun oldukga detayli olmasina karsin istemin gorece kisa ve
genis yazilarak en fazla koruma kapsami elde ettiginden dolay1 firmalar tarafindan
rekabette degerli goriildiigli ve yenileme ticreti masraflarindan daha biiyiik bir deger
yarattig1 varsayimidir. Belirli bir grup patent belirlenerek patentlerin terk edilme yas1
ve tarifname uzunlugu arasinda bir korelasyon ¢aligmasi ile bu durum istatiksel olarak
tespit edilebilmektedir. Asagidaki Cizelge 3.8’de literatiirde yer alan istem ve ilk istem

kelime sayisina dair ¢alismalar ve bunlarin degerlendirme sekilleri yer almaktadir.

Cizelge 3.8 : Patent degeri ve istem arastirmalari.

Patent Degerlendirme Kaynak
Deger
Olgisi
Istem Sayisi Portfoydeki bagimsiz, bagimli, usil ve Reitzig(2003)
uygulama istemlerinin toplam sayilari
Portfoydeki ortalama istem sayist Lanjouw ve
Schankerman (2004)
Istem sayisinin logaritmik degeri Caviggioli ve
dig.(2013)
Istem sayisin1 ortalama isteme bolerek Lee ve dig.(2007)
normalize etme ve endeks olusturma
S6z konusu teknolojik alan ve basvuru van Zeebroeck ve
yilina dair ortalama istem sayisina gore van
normalize etme Pottelsberghe de la
Potterie
(2011)
[k istem | Bagimsiz ilk istem igerisindeki kelime sayis1 Oliver ve Costa
kelime araliklar belirleme (2016)
sayi1sl

Calismalarin bir kisminda portfdy degerlerken istemlerden faydalanilmakta ve
cogunlukla istemlerin sayisinin patentin kalitesini dogrusal arttirmadigr goriisii hakim
olmaktadir. Yapilan pek ¢ok calismada istem sayisinin istem tiirline gore sayilmasi,
basvuru yilina ve teknoloji sinifina gére normalize edilmesi veya logaritmik degerinin

alinmasi da buna bir kanittir.

3.5.1.2. Patentin kalan 6mru
Patent kalitesindeki bir diger etken patent yasi veya diger bir deyisle patentin kalan

omriddr. Bir patentin 6mrii bagvuru tarihinden itibaren belirlenen zamanlarda yillik
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taksitlerinin 6denmesi sartiyla 20 yildir. Bu sebeple patentin ticari émri bu sireyle
smirlidir. Genellikle tim patent ofislerinde artarak giden yillik taksit {icretleriyle
patentin kullaniminin ¢ok uzun bir siire tekel olmasi yerine kamuya mal olmasi
ozendirilmektedir. Neredeyse tiim ulusal ofisler iicretlendirme konusunda ayni
uygulamaya sahip olmakla beraber 6rnek olarak TPMK’nin 2020 yil1 itibariyle yillik
taksitlerin koruma kapsami bitimine kadarki seyri Sekil 3.1°de verilmektedir. Bagvuru
tarihinden itiberen ikinci yilindan 6denmeye baslanan yillik taksitler onuncu yilinda
ti¢ katina, yirminci yilinda ise yaklasik dokuz katina ¢ikmaktadir. Bu da giderek artan
yillik taksit yiikliniin patentin degeri ve Omrii arasindaki iliskiyi ortaya koymasi

acisindan degerlidir.
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Sekil 3.1 : 2020 yili TPMK yillara gore patent sicil kayit Ucretleri.

Yillik taksitlerin 20 yilin sonuna kadar 6denmesi teknolojinin hizla degistigi beyaz
esya, bilgisayar ve elektronik gibi endiistri dallarinda pek miimkiin olmamaktadir.
Kisacasi, bir bulusun piyasada karsilik buldugu ekonomik ve teknolojik omdar

genellikle patent 6mriinden kisa olmaktadir.

Patent yas ile ilgili 6zellikle ABD’de yapilan ¢alismalar patentin satis degerinin en
diisiik oldugu zamani tespit etmeye yoneliktir. Zeebroeck (2011) tarafindan yapilan
patent deger siralamasi c¢aligmasinda koruma siiresi boyunca patentin degerinin
devamli degistiginden bahsedilmektedir. Ik boliimde detayl olarak aciklanan Ocean
Tomo Ag¢ik Artirmalarinin lizerinde yapilan arastirmada ise patentlerin satis degerinin
patentin 6mri boyunca bir konveks ¢izdigi ve bu konveksin yaklasik olarak 9 yil 9 ay

sonra en diisiik satis degerini aldigi, bu yastan 6nce veya sonra satis degerinin arttigi
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iddia edilmektedir (Sneed ve Johnson, 2009). Benzer sekilde, Serrano(2010) 9.
senesinde bulunan patentlerin sadece ylizde 2’sinin ticarilesme ihtimali olurken ylizde
28’sinin terk edildigini ifade ederek genel egilim olarak patent yas1 ve patent degeri
arasinda negatif bir korelasyonu vurgulamaktadir. Bessen(2006) tarafindan yapilan ve
patent yenileme Ucretleri ve patent yas1 tizerinden patent degeri inceleyen ¢alismada
en degerli kabul edilen patentlerin biiyiik firmalar tarafindan ortalama sekizinci yilinda
ve kiiciik firmalar tarafindan ise dordiincii yilinda ortaya ¢ikarildigina dair bir sonug

ortaya koymaktadir.

Tipik olarak, koruma silresinin sonuna gelmis bir patent yatirimcilar tarafindan
genellikle tercih edilmemektedir. Ancak benzer sekilde yakin zamanda yayimlanmis
erken donem bir patentin de teknolojiye katkisi tam olarak belirlenemeyecegi i¢in
degerlendirme dis1 kalabilmektedir. 2009 yilinda bir patentin ortalama incelenme
stiresi Amerika Birlesik Devletleri i¢in 34.6 ay, Japonya i¢in 35.3 ay ve Avrupa Patent
Ofist icin 41.7 ay olarak tespit edilmektedir. Dolayisiyla, herhangi bir siire
standardinin olmamasi1 da patent yasi ve kalite iliskisi konusunda bir veriye
ulagilmasint zorlagtirmaktadir (Kappos ve Graham, 2012). Herhangi bir patentin
ortalama tescil siiresi 6rnegin beyaz esya sektorii icinde 4 ila 5 yi1l olarak diisiiniiliirse,
tescilden sonraki 6zellikle 5 sene hem teknolojik dmir hem rekabetteki tim Uretim ve
ar-ge faaliyetleri i¢cin dogrudan yasal engel olusturmasi agisindan oldukg¢a 6nemlidir.
Dolayisiyla, bir genelleme olarak basvuru tarihinden itibaren 5 ila 10 yas araliginin
patentlerin yasa bagli giiciiniin en yiiksek oldugu donem oldugu kabul edilebilmektedir
(Sneed ve Johnson, 2009). Ek olarak, arastirma veya inceleme durumundaki patent
dokiimanlar1 rakipler i¢in engel olusturabilmektedir fakat heniiz tescil almamis bir
patentin istemlerinin son hali bilinemeyeceginden dolay: etkisi sinirli kalmaktadir.
Istisna olarak arastirma raporu giiglii gelen, bir diger deyisle yenilik ve bulus basamag:
konusunda engel dokiimanlar1 bulunmayan patent bagvurular1 da tescil almamasina

ragmen rakipleri engelleme agisindan oldukga giiclii bir etkiye sahip olmaktadir.

Asagida anlatilmakta olan ¢izelgede Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) olarak
adlandirilan ve 9 seviyeden olusan bir metrik ve iiretim planlamasinin 6rnek bir
sablonu Cizelge 3.9°da gosterilmektedir (Raghu, 2017).. Ozellikle endiistriyel is
sahalarinda ilk 3 seviye igerisinde bulus aciklama formlari doldurularak patent

basvurularina doniistiiriilmesi amag¢lanmaktadir.
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Cizelge 3.9 : Teknoloji olgunluk seviyesi zaman ¢izelgesi.

Ay Plan Agiklamasi
0 Notdefteri girisi (TRL 2)
6 Literatiir taramasi, Bulus A¢iklama Formu, Patent vekili iletigimi,
Organizasyon kurallar1 kontrolii, Gegici uygulama
12 Uriin fikirleri gelistirme, Market arastirmasi yiiriitme, Potansiyel
tanimlama, Gizlilik anlagsmalar1
18 Patent bagvurularin1 tamamlama, Takim toplama (TRL 3)
24 Uriin gelistirme baslangici
30 Uriin atlye prototipini bitirme, Miisteri gereksinimi belirleme,
Endiistriyel tasarim ve paketleme baslangici (TRL 4)
36 Uretim yeri planlama, Tedarikgi ve altyiiklenici belirleme, izinler
ve lisanslar
42 Uriiniin alfa versiyonunu bitirme, Miisteriden saha bildirimi
toplama (TRL 6)
48 Uriiniin beta versiyonunu bitirme, tretim baslangici, patent
tescillerinin tamamlanmasi(muhtemel) (TRL 8,9)

48 ay igerisinde fikir agamasindan iriinlin piyasaya sunulma asamasina gegcildigini
varsayarsak, ilk 18 ay icerisinde patentlenecek buluslarin bagvurularinin tamamlanmis
olmasi 6ngoriilmektedir (Raghu, 2017). Bu oransal olarak 8 birimlik bir teknolojik
trtin gelistirme siirecinin 3 birimlik ilk donemine denk gelmektedir. Teknolojilerin
gelistirilme  siireclerinin  kendine  0zgili  dinamiklerine bakarak uyarlama
yapilabilmektedir. Ornegin bir buzdolab: igin 24 ay olan teknoloji gelistirme siiresi,
bir firin i¢in 12 ay olabilir ve dolayli olarak patentlerin hangi yillarda en etkin koruma
sagladig1 daha tutarli bi¢imde anlasilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
ozellikle iiretim firmalar1 i¢in bir bulusun patent basvuru tarihinden itibaren tiriinlerde
kullanim veya rakibi engelleme yoluyla nakit akisi saglama evresine kadar ne kadar
zaman bulundugudur. Bir patent bagvurusunun patente konu teknolojinin olgunlastig1
donemlerde yapilmasi bulusun detayini artirabilse de rakipler tarafindan koruma
alaninin daraltilmasi risklerini de beraberinde getirmektedir. Benzer sekilde, tescil
stiresinin firmanin trlinliniin piyasaya siiriilme veya rakibi engelleme periyoduyla es
giidiimlii gitmesi ticari olarak rekabette daha gii¢lii bir etki yaratmaktadir. Bunun temel
sebebi ise patent tescilinden 6nce piyasaya slriilen buluslarin koruma kapsami belirsiz
oldugu i¢in bagka firmalar lizerinde yaptirim giiciiniin zay1f olmasi olarak gosterilebilir.
Ote yandan karsit bir goriis olarak, erken tescil durumu da diger firmalar tarafindan

alternatif coziimlere yonelme i¢in firsat olarak gortlebilmektedir.
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Dahasi, gelecekte patentten elde edilecek olasi gelirin patentin gecerli kalmasi icin
Odenen yillik taksit veya ofis masraflarini en azindan karsilamasi patenti siirdiiriilebilir
bir yatirirma dontistiirmektedir. Bu durumun aksine patentin degerini asan yenileme
ticretlerinin ¢esitli sebeplerden oOdenebildigine dair calismalar da mevcuttur
(Zeebroeck, 2011). Patentin yasina bagli {istel olarak artan masraflari ile patentten elde
edilecek olas1 gelir genelde paralele gitmemekte ve patentlerde yastan dolay: deger
diisistine neden olmaktadir. Patent ve benzeri fikri miilkiyet haklarinin degeri
teknoloji piyasaya yaklastikca ve nakit akisini cevreleyen belirsizlik azaldikca
artmaktadir.

Bir diger husus, pazarlama siirecleri ile ortak bir caligma alani yaratan patentlerin iiriin
yasam dongiisiine bagli durumudur. Ar-ge faaliyetleri yapilan bir iirlinlin yasam
dongiisti yonetimi genellikle 4 ayr1 kisma ayrilir. Bunlar giris, biiyiime, olgunluk ve
azalistir. Ozellikle olgunluk veya duraganlik olarak gosterilen dénemde satis adetleri
tepe noktasina ulasir ve bu da patentlerin kullanimi agisindan ticari firsatlar1 ve riskleri
en Ust seviyeye tasir (Otles, 2018). Sektdrlerin kendi dinamiklerinden dolay: siireye
bagl bir detayin olmadigi bu calismalar her iirlin veya teknoloji sinifi 6zelinde bir
zaman c¢izelgesine uyarlanarak kullanilabilmektedir. Asagida yer alan Sekil 3.2°de
zamana bagli satislar ve bir iirliniin piyasa iizerinde gecirdigi evreler gosterilmektedir.
Kar egrisinin sifirin altinda oldugu ve teknoloji olgunluk seviyesine gore genellikle
patent basvurularin yapildigr donemlerden kar egrisinin zirve yaptigr doneme kadar
patent korumalarmin etkileri gézlemlenebilmektedir. Teknolojisi olgunlasan tiriinlerin
patent korumasi saglamasit durumunda gelisme ve olgunluk déneminde daha yukari
yonlil bir sati trendi izleyebilecegi ve rekabette daha fazla pazar pay1 elde edebilecegi

de muhtemeldir.
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Sekil 3.2 : Uriin yasam dénguisii evreleri.

Olgunluktan diisiis donemine girmeden once “liriin genisletme” ad1 verilen ve tekrar
satig adetlerini artiran tiirlin gelistirmelerinde pay1 olan patentli buluslar rekabet
agisindan olduk¢a etkilidir. Dolayisiyla, patentlerin genellikle yasal dmdarlerinin
ortalarina dogru, 5 ila 10 yil, rekabetteki asil degerleri ortaya ¢ikmakta ve yeni bir
“{iriin genisletme” bulusuyla {iriiniin ticari degeri tekrar artirilabilmektedir. Ozellikle
patente konu olan iirliniin yasam dongiisii igerisinde gelisme sathasindan bulunmasi
patent degeri iizerinde olumlu bir korelasyona sahiptir (Yavuz, 2018). Son olarak,
asagida yer alan Cizelge 3.10°da literatiirde patent yasina iliskin c¢aligmalar
gosterilmektedir.

Cizelge 3.10 : Patent degeri ve patentin kalan 6mrii aragtirmalart.

Patent Deger Degerlendirme Kaynak
Olgisi
Patentin kalan Siireye bagh yiiksek negatif Sneed ve Johnson (2009)
omri korelasyon
Anlaml degil Sreekumaran ve dig.
(2011)
Siireye bagh yiiksek negatif Fischer ve dig. (2014)
korelasyon
Siireye bagh yiiksek negatif IPScore (2009)
korelasyon
Anlamli degil Reitzig(2003)

Baz1 calismalarda patentin yasi ile patentin degeri arasinda giiclii ve zit bir iliski
oldugu yani yas1 artan patentin degerinin de benzer Ol¢iide azalacagi diislincesi

hakimken bazi ¢caligmalarda ise anlamli bir iligki tespit edilememistir.
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3.5.1.3. Patentin tescile kadar gecen siresi

Bagvuru ile tescil tarihi arasindaki siireyi ifade eden tescil suresi, uzun bir inceleme
(office action) safhasindan gegerken engel dokiimanlarla karsilagmasi itibariyle
rakiplerin yogun faaliyet igerisinde oldugu bir alana isaret edebilir. Buradan hareketle,
patentin bagvurusundan tesciline kadar gecen siirede ofiste gorevli patent uzmani ile
yapilan goriismelerin siiresi kimi ¢alismalarda patentin degerine yonelik bir veri olarak
kullanilabilmektedir. Patent uzmaninin bagvuru sahibinden patentin koruma kapsami
konusunda bilinen teknigi referans gostererek degisiklik yapmasini istemesi ve
basvuru sahibinin buna gore istemleri diizenlemesi tescile kadar gecen siireyi dogal
olarak uzatmaktadir. EPO nezdinde yapilan islemlerde tescile kadar gecen siire 2015
yilinda, ortalama inceleme siiresi 29 ay ve bagvuru yaymi da hesaba katildiginda
ortalama tescil suresi 47 ay olarak tespit edilmektedir (EPO, 2015). Uygulama olarak
basvuru tarihinden itibaren 18 ay ile patentin koruma siiresinin sonuna kadar degisen
zamanlarda tescil siiresi gerceklesebilmektedir. Bu siireler patent ofisinin yogunlugu,
ilgili teknik alanin genisligi, liglincii kisi goriisleri veya patent ofisiyle yazigsmalar
sebebiyle oldukca degiskenlik gosterebilmektedir. Literatiirde yaygin kanaat olarak
ne kadar geg tescil ise patente o kadar biiyiik deger atfedilmesidir. Tescile kadar gecen
siirenin uzunlugunun neden degerli olduguyla ilgili -tim patent ofislerini standart

calisma hizinda diisiiniirsek- iki tiir yorum yapilabilir.

Birincisi, uzun yillar boyunca aragtirma gelistirme yapilmis ve biiylik sirketlerin
oldugu bir alanda tescile kadar gegen slrenin gorece uzun stirmesi hem rekabetteki
diger firmalarin faaliyet serbestligi arastirmalarini patentin koruma altina alinan
istemlerini beklemeleri gerekecegi i¢in biiylik dl¢iide engeller hem de o teknolojik
alanda benzerlerine ¢ok fazla rastlanildigindan dolay1 aragtirma siirecini uzatir. Bu
sayede, gorece uzun bir inceleme siirecindeki patent bagvurusunu tescil olmadigi igin
dikkate almadan tiriin gelistirme yapanlar gegmise doniik kullanimlardan dolayz ihlal

davasi acilma ihtimalini oldukga artirir.

Ikincisi, ezber bozan bir teknoloji ile ilgili bagvurularda arastirma ve inceleme siireci
gecmise doniik bir dokiiman veya uygulama bulunamayacagindan ¢ok daha hizli
ilerleyebilmektedir. Boylece pazar igin oncii sayilan gelistirmelerde tescile kadar
gegen siire kisa olmasina ragmen gorece ¢ok yiksek bir kaliteye ve korumaya sahip

olunabilir. Dolayisiyla, tescile kadar gegen slre, ezber bozan bir bulus veya teknolojik
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gelistirme icermedigi slirece, bulusun degerini veya kalitesini belirlemek i¢in pozitif

bir korelasyon olarak gosterilebilmektedir.

Popp ve dig.(2003) yaptig1 bir arastirmada 1976 ve 1996 arasinda tescilli ABD
patentleri i¢in istem sayisi, sayfa sayisi, ¢izim sayisi, teknolojik alan ve tescile kadar
gegen siire(grant lag) iliskisi incelenmektedir. Bu ¢alismada elde edilen sonug tescile
kadar gecen silirenin agirlikli olarak teknolojik alandan etkilendigi, Ornegin
biyoteknoloji ve bilgisayar gibi kismen yeni sayilabilecek alanlarin daha uzun bir
arastirma ve incelemeye ihtiya¢ duydugu ortaya konmaktadir. Calismanin bu kisminda
temel dayanak olarak s6z konusu yeni teknoloji alanlarinda patent uzmanlarmin
yetkinligin ve sayisinin gorece az olmasi sebebiyle bu tip tescil siirelerinde diger koklii
teknolojilere gore daha fazla siireye ihtiya¢ duyuldugu gosterilmektedir. Ornegin, s6z
konusu zaman diliminde biyoteknoloji i¢in ortalama tescile kadar gegen sire 44.6 ay
iken mekanik alaninda ortalama 26.7 ay olarak tespit edilmistir. S6z konusu siire
farkinda tescil siiresinin ve istem sayisinin zayif bir korelasyonu gozlense de
teknolojik alanlarin tescil siiresinde basat olarak etkili oldugu ifade edilmektedir.
Ayrica bulusu yapan firmanin biiyiikliigi ile de tescile kadar gegen siire arasinda bir

korelasyon gozlenmesi de eklenmektedir

Ek olarak arastirma raporunun i¢inde yer alan yenilige isaret eden X, bulus basamagina
isaret eden Y ve teknigin bilinen ilgili durumuna isaret eden A dokiimanlar tizerinden
de bir ¢ikarimda bulunulabilmektedir. Hi¢ X ve Y dokiimani bulunmayan arastirma
raporu bir ¢alismada en yiiksek patent deger gostergesi olarak kabul edilmekte ve X
ve Y dokiiman1 igeren arastirma raporu ise en diisik deger olarak
konumlandirilmaktadir (Yavuz, 2018). Burada X ve Y dokiimani yogunlugu yiiksek
olan raporlar rakiplerin yogun faaliyet gosterdigi alanlara isaret ederken 6te yandan X
ve Y igermeyen patent arastirmalarmmin daha hizli tescil almasinin inceleme
stirecindeki ofis memuruyla yazili ve sozlii savunma agamasini kisaltacagi sebebiyle

dogal bir sonug olacagi 6ngorilmektedir.

3.5.1.4. Atf sayis1
Atif patent terminolojisinde geriye atif ve ileriye atif olarak iki farkli tiirde

bulunmaktadir.

Geriye atif
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Bir patentin i¢inde diger patentlere veya patent disi kaynaklara yapilan atif (backward
citation) geri atif olarak adlandirilmaktadir. Geriye atif, EPO (2016) tarafindan
yayimlanan kurallar i¢inde tarif edilmekte ve teknigin bilinen durumuna en yakin
dokiimanin bulusun anlasilmasi ve arastirma-incelemeyi tanzim etmesi i¢in basvuru
sahibi tarafindan talep edilmektedir. Ozellikle bulusun iddiasini ileri siirerken teknigin
bilinen en yakin dokiimanini verme yikiimliliigii bulunmamakta fakat basvuru
sahibinin bulus iddiasini bilinen teknikten ayristiran unsurlarinin arastirma-inceleme
yapilacak kisi tarafindan daha iyi anlasilmasi i¢in alintilanan dokiimanlar patent
arastirma ve incelemesine oldukga iyi bir baslangic noktasi teskil edebilmektedir
(Guidelines for Examination, 2019, F-II, 4.3). Patent belgesinde bilinen teknige dair
referans verilen patentlerin veya geriye atiflarin kisa bir 6zeti yapilarak s6z konusu
teknik problemi ¢ozmede yasanilan dezavantajlari tartisilabilmekte ve dolayli olarak
yenilik ve bulug basamag i¢in iyi bir dayanak olusturulabilmektedir. Pek ¢ok patent
kalite gostergesi calismasinda atif tiirleri arasindan geriye atiflarin anlamh bir etkisi
gozlenememektedir. (Hall ve dig., 2005; Giuri ve dig., 2007). Geriye atifin
degerlendirmeye alinmamasimin baglica sebepleri metin i¢i atifta herhangi bir
sinirlandirma olmamasi ve 6zellikle bulus basamaginin zayif goriildiigii bagvurularda
daha az geriye atif ile aragtirma konusunda ofis memurunun eline daha zayif bir
baslangi¢c noktasi vererek yapilan arastirmanin kapsamini azaltma ugrasi olarak
gosterilebilir. Geriye dogru yapilan ve teknigin bilinen durumunu gosteren bu tip
atiflar patent ofisine teknigin bilinen durumunu asma ve bulus basamagini
temellendirmede bir argiiman olarak kullanilmakta fakat patentin kalitesine dair

herhangi bir anlamli etkisi gézlenmemektedir.
Tleriye atif

Yayimlanmig bir patentin farkli patentler tarafindan geriye atif yoluyla alintilanmis
olmast ileriye atif (forward citation) olarak adlandirilmaktadir. Patent veri tabanlarinda
ileriye atiflar hem patent arastirmasinda hem de ileriye atif alan patentin

degerlendirilmesinde oldukga islevseldir.

Patentin degeri ile ileriye dogru yapilan atif sayis1 arasinda dogrudan bir iliski oldugu
literatiirde kabul edilmektedir. Temel sebebi ise rekabetteki firmalarin s6z konusu
patenti dikkate alarak bir gelistirme yapmasi ve teknolojik trendlerin patent sahibi

firma tarafindan kismen belirlendigi durumudur.
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Buna karsilik, bir say1 olarak ileriye atif sayis1 patentin gercek kalitesini gostermekte
zaman faktoriinden dolay1r ¢ogu zaman yetersiz kalmaktadir. Geriye atif olarak
kullanilan atiflar, daha 6nceden de belirtildigi iizere, en yakin teknik dokiiman olmasi
beklenmekte fakat bagvuru sahibine en yakin teknik dokiimani gésterme sorumlulugu
yiklememektedir (EPO, 2019b). Dolayisiyla, bircok patent bagvurusu sahibi bilinen
teknigi yansitmasi amaciyla en yakin teknik dokiimani géstermek yerine resmi bir
yiikiimliiliik yerine getirmek maksadiyla geriye atif yapabilmektedir. leri atif say1s1
bakiminda diisiiniilecek olursa, patentin ilerleyen yaslarinda aldigi atif sayisi da
genellikle bu tip kullanimlardan dolay1 artma egiliminde olacaktir ve 6zellikle yliksek
yaslt ve teknigin bilinen durumunun gerisinde kalmis bir patent i¢in bu veri yaniltici
olabilmektedir. Literatiirde bir takim zaman kisitlar1 veya yogunluk Olgiileriyle bu

eksiklik normalize edilebilmektedir.

Yapilan calismalarda yaygin bir yontem olarak mevcut patentin ileri atif sayis1 ayni
yil ic¢inde yayimlanan patentlerin ortalama ileri atif sayisina bdliinerek bir
normalizasyon saglanabilmektedir. Birgok arastirmada ileriye dogru yapilan atif
sayisinin logaritmik degerinin patentin Omriiniin gectikge ileri atiflarin patent
iizerindeki etkisinin azalmasi gerektigi((n). atif (n-1). atiftan daha diisiik bir etkiye
sahip olacaktir) vurgulanmaktadir. Riichan tarihinden sonraki 4 sene icindeki atif
sayilarini kabul eden veya yayin tarihinden sonraki 10 seneyi kapsayan atiflari alan
caligmalar literatiirde mevcuttur. Ayni teknolojik alan icerisinde son 5 sene icerisinde
yer alan ileri atif sikligim da 6lgiimleyen baska bir arastirma da bulunmaktadr. ileri
atif sikligi, belirli bir teknolojik alanda bir grup patentin ilizerine kurulan mevcut

teknolojinin patent portfoyi icindeki deger gostergesi olarak kabul edilmektedir.

Yukarida yer alan Cizelge 3.11°de literatiire dair ¢aligsmalar ve degerlendirme sekli
kisaca anlatilmaktadir. Yapilan kalitatif ¢aligmalardan ¢ikarilan sonuglarda ileri atif
sayisinin zaman, teknolojik alan ve rakip faktoriine bagli olarak oldukc¢a degisken

degerleme gosterdigi anlasilmaktadir.
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Cizelge 3.11: Patent degeri ve atif arastirmalari

Patent Deger Degerlendirme Kaynak
Olglisu
Ileriye atif Patentin kendi teknolojik alan1 i¢ginde Park ve Park (2006)
say1sl atif sayisinin normalize edilmesi
Ayni1 yi1l igerisinde yayimnlanan patent Ernst ve Omland
atif sayilarina gore s6z konusu (2011)
patentin normalize edilmesi
Atif sayisinin logaritmik degeri Caviggioli ve
dig.(2013),
Kabore (2012), Fischer
ve Leidinger (2014)
PCT patent bagvurularinda riichan Frietsch ve dig.(2013)
tarihinden sonraki 4 yil igindeki atif
sayi1st
Patent bagvurusundan sonraki 5 sene Lanjouw ve
ve takip eden 5 sene igindeki atif Schankerman (2004)
sayilarini ayr1 degerlendirme
Altintilanan patentin yayini ve Bonaccorsi ve Thoma
alintilayanin bagvuru tarihi arasinda (2007)
en fazla 5 sene olanlarin i¢indeki atif
sayi1sl
Patent basvuru tarihinden sonraki 10  De Rassenfosse ve dig.
yil igindeki atif sayisi (2013)
Geriye atif Anlamli degil Yavuz(2018)
sayi1st
Anlamli degil Hamamcioglu ve
Kahraman(2015)
Auf Belirli ileri atif say1 araliklarina deger Hall ve dig. (2005)
siniflandirmasi vererek siniflandirma
Atif matrisi Belirli firmalar arasindaki ileri atif Chang ve dig.(2012)
siklig1 orant
Atif sikligt Ayni teknolojik alandaki son 5 y1l Narin (2000)

icinde ileri atif siklig1

Teknigin bilinen durumunda yer alan ve belirli bir zamandir firmalarin Uzerinde

calistig1 konular 6zelinde ileri atif sayis1 firmalar i¢in degerli bir l¢ii olabilmektedir.

Ornegin bir firm tutamag: patentinin baska bir firmanin bagvurusunda alintilanmasi

firm tutamagi Ozelinde pazardaki rekabetin en somut Orneklerinden birini

olusturmaktadir. Patent portfoyii i¢inde firmanin kendi patentlerine yaptig1 atiflar iki

farkli yorumu beraberinde getirmektedir. Birincisi firmanin artirimsal(incremental) bir

teknoloji gelistirmekte oldugu, benzer basvurularla bir tiriiniin tiretilmesi igin birbirini

tamamlayici-kullanim1 zorunlu patent korumalar1 olusturarak rakibin ihlale zorlandig:

ve literatirde patent caliligi olarak adlandirilan durum yaratildig:r disiintlebilir

(Semerci, 2010). Kisacasi, belli bir teknoloji sinifi igerisinde dominasyon elde etme
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stratejisinin uzantis1 olarak degerlendirilmektedir. Ozellikle Lai ve Che (2009)
tarafindan ylriitiilen bir arastirmada patent davasina konu olan patentlerin alicilar ve
saticilar tarafindan degeri belirlenirken ileri atiflarin diger kriterlere kiyasla daha
anlaml1 bir pozitif etkisinden bahsedilmektedir. Benzer sekilde Gambardella(2008) ve
arkadaslar1 tarafindan yapilan buluscularin tescil olan patentleri i¢in tescil oldugu giin
potansiyel alicilara yonelik bir varlik gibi fiyatlamalarini isteyen bir ¢alismada ileri
atif sayis1 diger tiim kriterlerden(geri atif, istemler veya korunan cografya) daha giiclii

etkiye sahip oldugu tespit edilmektedir.

fleri atiflarn rekabet igerisinde olan firmalar diisiiniildiigiinde kimin tarafindan
yapildig1 sorusu 6nem kazanmakta ve rakiplerin birbiri arasindaki atif sikliklari
rekabetteki teknolojiler bakimindan firmalarin ne derece belirleyici olduklarinin bir
gostergesi olarak kabul edilebilmektedir. Ornegin rekabette bulunan ve neredeyse esit
bagvuru sayilarina sahip A ve B firmasi igin birbirleri arasindaki ileri atif sayilarinda
A firmasinin belirgin bir {istiinliigii bulunuyorsa B firmasinin teknoloji agisindan A
firmasini takip ettigi yorumunda bulunulabilir. Benzer sekilde, teknolojide Oncii
firmalar ¢ok sayida portfdy ici atiflarda bulunarak kendi teknolojik ekosistemlerini
yaratmakta ve dolayli olarak rekabette anlamli bir katma deger meydana
getirebilmektedirler. Kars1 goriis olaraksa bu tip kendine atiflarin firmanin kendi
portfoy degerini suni olarak artirmak maksadiyla bir ¢esit kaldirag olarak kullanilmasi
sOylenilebilir. Her ne kadar boyle stratejiler s6z konusu olsa da kendine yapilan

atiflarin degersiz olduguna dair yapilan ¢aligmalarda bir kanita rastlanmamaktadir.

3.5.1.5. itiraz durumu

Patentlere tescil sonrasi itiraz dosyalamak rakipler tarafindan rekabette engelleyici
olacag diisiiniilen patentlere kars1 yapilan yasal bir onlemdir. Hem fikri milkiyet
mevzuatina ve ilgili teknik alana hakimiyet hem de yiiksek bir maliyet gerektirdigi i¢in
sik¢a kullanilan bir hak degildir. Dolayisiyla, patente yapilan itiraz, patentin degerli
oldugunun cok guicli bir gostergesidir. itiraz siirecinden gecersizlik karar1 ¢ikmadan
gecmis patentler literatiirde kabul edilen haliyle gelir potansiyeli tagiyan patentlerdir.
(Harhoff ve dig., 2003; Lanjouw ve Schankerman, 2004).

Genel olarak oldukca az sayida patente resmi ofis nezdinde itiraz edilmektedir. Ornek
vermek gerekirse, Avrupa Patent Ofisi lizerinden 2006 yilinda yapilan bagvurularin
sadece % 5,4’liikk kismina itiraz edilmistir (Bu yiizdenin sayisal karsiligi 2990 adet

patenttir). Avrupa Patent Ofisi biinyesinde itiraz dosyalanan patent bagvurularinin
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yaklagik olarak ticte biri iptal edilmis, licte biri itiraz sonucu degisiklige ugramamas,
geri kalan iicte birlik kismi ise degisiklige ugrayarak patent statiisii kazanmistir. Ilk
bakista diisiik goriinen bu bagvuru yiizdesi, ABD patent otoritesi olan USPTO’da tiim
teknoloji siniflarinda yapilan yeniden degerlendirme taleplerinden ¢ok daha yiiksektir.
USPTO’da 1981 ila 1998 yillar1 arasinda yapilan yeniden degerlendirme taleplerinin
orant % 0,3 iken, ayn1 donem Avrupa Patent Ofisi’nde yapilan itiraz ylizdesi % 8,6°dur.
1985 ile 2000 yillar1 arasinda ABD’de patentlere dosyalanan itiraz bagvurularinin
sayist hizla artarken, verilen patent sayisi basina bakildig1 zaman itiraz oranlarinin

sabit kaldig1 goriilmektedir (National Research Council, 2003).

4%

= [tiraz edilen patent = itiraz ediimeyen patent

Sekil 3.3 : 2017 y1li i¢inde EPO tescillerine itiraz orani.

= [tiraz reddi = Degisiklik karari = Patent gegersiz

Sekil 3.4 : 2017 y1li iginde EPO itiraza ugrayan patent kararlari.

Sekil 3.3 ve 3.4’te gortldigii tizere 2017 yilinda yayinlanan EPO verilerine gore ise
tescil edilen patentlerin yiizde 4’tine(sayisal karsiligi 4070) itiraz edilirken bunlarin
2006 yilindaki verilere ¢cok benzer sekilde yaklasik olarak sadece %31°1 degisiklige

ugramadan itirazi sonug¢landirilmistir.
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Bu kalite kriteri ile ilgili calismalar itiraz dosyalanan veya dava agilan patentlerin
degerinin ortalamadan yiiksek oldugunu ortaya koymustur. Ornegin; Harhoff, Scherer
ve Vopel (2002) tarafindan yapilan c¢alismada, degisiklige ugramaksizin itiraz
stirecinden ¢ikmasinin patentin degeri ile ilgili agik bir kanit sundugu belirtilmektedir.
Ayni ¢alisma icinde patentin degeri iki asamali bir sistemle puanlanmaktadir. ilk
asama patentin tescilini icerir iken ikinci asama ise patentin yapilan itirazdan
degisiklige ugrayip ugramamasini konu edinmektedir. Dahasi, itiraz gelme olasiligin
patent degeri ile paralel gittigine dair bir baska kanit da Harhoff ve Reitzig’in (2004)
Birlesik Devletler Patent Ofisi tarafindan 1978-1996 yillar1 arasinda tescil edilen

biyoteknoloji ve ilag patentleri Uzerine yaptiklari ¢alismadir.

Benzer sekilde, Lanjouw ve Schankerman (1998) tarafindan yapilan aragtirmaya gore,
uyusmazliga konu olan patentler 6zel karakteristikli patentlerdir. Ayn1 arastirmada,
rastgele Orneklem ile ayni1 smif ve teknoloji ailesi iginden segtikleri Amerikan
patentlerinde, degerli ve sahibi Amerikali olan patentlere dava acilma oranlarinin daha
yliksek oldugunu gozlemlemislerdir. Buna ek olarak, kurumsal firmalarin tescil
ettirdikleri patentler ile bireysel olarak tescil ettirilmis patentlerin dava riski ile
karsilasma oranlarinin ayn1 olduklarini da tespit etmislerdir. Ayrica beklenecegi tizere,
dava ihtimali yeni teknolojilerin kullanildigi is alanlarinda daha sik
gozlemlenmektedir. Itiraza konu patentlerin kendi istemleri icerisinde degisiklige
ugrama veya degismeden tescillenme durumuna gore patentin degeri ve rekabetteki

firmalar i¢in kalitesi tam olarak anlasilabilmektedir.

Ote yandan yapilan arastirmalarda itiraz yolunun daha fazla tercih edildigi teknolojik
alanlarin oldugunu gosteren bazi veriler de bulunmaktadir. 1980-1996 aras1 hem EPO
hem USPTO ozelinde belirli teknolojik alanlarda yapilan patent tescillerinin
degerlendirmeye alindig1 ve yar iletken, yazilim, ila¢ ve biyoteknoloji gibi alanlarda
diger alanlardan anlamli bigimde az itiraz goriildiigli saptanmaktadir. Teknolojik
farkliliklarin de vurgulandigi bu fark i¢in bilgisayar endiistrisinin gelistirdigi karsilikli
lisans vermeye dayali uyusmazlik ¢6zme modeline dikkat ¢cekilmekte ve tipik olarak
bazi sektorlerde firmalarin uyusmazIlik ¢6zme stratejileri ve fikri haklar farkindaliklar
degisiklik gostermesinden dolay itiraz yolunun fazla tercih edilmeyebilecegi ifade
edilmektedir (National Research Council, 2003, s.92). Asagida yer alan Cizelge
3.12’de patent ofisine yapilan itirazlarin bir patent kalite gostergesi olarak ele alinma

caligmalar1 kisaca 6zetlenmektedir. Bazi ¢calismalarda itiraz sonuglarina bakmaksizin
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patentlerin aldig1 itiraz sayilar1 bir Olgiit olarak kullanilirken bazi ¢alismalarda ise
patentlerin itiraza ugrayip ugramamasi ve itiraza ugramissa degisip degismemesine

gore degerler verilmektedir.

Cizelge 3.12 : Patent degeri ve itiraz durumu arastirmalari.

Patent Deger Degerlendirme Kaynak
Olcusii
Itiraz Durumu Itiraz sonucuna gore Harhoff, Scherer ve Vopel
smiflandirma (2002)
Itiraz say1s1 Lai ve Che (2009)
Itiraz sonucuna gore Hamamcioglu ve Kahraman
smiflandirma (2015)

Kalite gostergesi bakimindan en degerli olarak itiraza ugramasina ragmen degisiklik
yapilmadan ve koruma kapsami degismeden ¢ikan patentler gosterilmektedir. Itiraza
ugramayan patentler ise kalite gdstergesi bakimindan en diisiik deger grubundadir.
Dolayisiyla, iki farkli yaklasim literatiirde yer alsa da itiraza ugrayan patentlerin

oldukga degerli oldugu konusunda goris birligine varmaktadirlar.

3.5.1.6. Patent aile biiyuiklugii

Patent ailesi ayni bulusu konu edinen ve en az bir ortak riichana sahip patent
basvurulari i¢in kullanilan bir terimdir (Dernis, 2003). Literattirde genel kabul olarak,
patentlerin degeri, korundugu cografi alanin biiyiikliigi ile paralel gitmektedir. Diger
bir deyisle, patentin gecerli oldugu iilke sayis1 patent ailesinin biiyiimesine ve dolayl

olarak ekonomik etkisinin artmasina yol acgar.

Patent sahibinin fikri haklarin1 korumak i¢in yaptig1 uluslararasi bagvurular, birgok
iilkede dogacak yiiksek maliyet g6z Oniinde tutulursa patentin ekonomik degerinin ve
niteliginin dogal bir gostergesidir. Gerek bolgesel veya uluslararasi patent otoriteleri
aracili@iyla gerek dogrudan iilke patent ofisleri aracihigi farkli cografyalarda tescil
stireci yurtitmek ve patentlerin ofis masraflarini karsilamak oldukga yiiksek bir yatirim
kalemidir. Korumanin gegerli oldugu tilke sayisi ne kadar fazla ise, patentin korudugu

bulusun kar ve ticarilestirilme potansiyeli de o kadar yiksek olacaktir (Deng, 2007).

Patent ailesinin biyiikliigiiniin ekonomik degeri yansittigina iliskin birgok arastirma
bulunmaktadir. Ornegin, Lanjouw ve Schankerman(2004) ABD patentlerinden bir
orneklem olusturarak patent kalitesi ve aile biiylikliigli arasinda giiclii bir pozitif iligki
ortaya koymuslardir. Patentin kalitesi ve aile biiytlikliigii arasindaki pozitif korelasyonu

ile ilgili iilkelerin kendilerine gore tipolojileri ile patent kalitesi ve ekonomik degeri
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arasinda bir baglanti oldugunu gosteren bir diger ¢alisma da Guellec ve van

Pottelsberghe de la Potterie(2000) tarafindan yapilmastir.

Patent verilmesinden sonraki siirecte drnegin bir Avrupa patentinin aile biiylkIigi,
patentin gecerli oldugu EPC (European Patent Convention) iiye iilke sayisi ile
Olcilebilir. Ancak elde edilen verilerin belirli periyotlarda glncellenmesi
gerekmektedir. Zaman igerisinde patentler bazi iilkelerde terk edilebilmekte ve EPC
aile biyiikliikleri azalabilmektedir. Dolayisiyla zaman iginde cografi koruma
alanindaki degisiklikleri incelemek patent hakkinda gergek zamanli bilgi
saglamaktadir. Patentlerin yillar igerisinde belirli iilkelerde terk edilmeye baslanmasi
hem artarak biiyiiyen yillik taksitlerin hem de teknolojinin firmanin stratejileri
dogrultusunda (miisteri egilimleri, tedarik¢i degisimleri, pazar verileri vb.) korunmaya

deger goriilmemesinin etkileri bulunmaktadir.

Bir bakima patentin aile biiyiikliigii pek ¢ok zaman firmalarin iiretim yaptig: tilkeler
ve satis hedefi oldugu pazarlarla dogrudan ilgilidir. Ornegin Tiirkiye’de iiretim yapip
sadece Romanya’ya satis yapan ve Almanya’da da satis planlayan bir firmanin
masrafli is takip siireci ve basvuru iicretlerinden dolayr sadece bu iilkelerde patent
korumasi saglanmasi beklenmektedir. Dolayisiyla diger pazarlarda da etki
yaratabilecek bir patent basvurusu olsa dahi korundugu cografi iilkeler s6z konusu

patent sahibinin tiretim, dagitim, satisa bagh piyasa stratejileriyle siirli kalmaktadir.

Literatiirdeki diger calismalar cografi alan korumasini birkag farkli parametre 6zelinde
incelemis ve ¢ikarimlarda bulunmuglardir. Korunan iilke sayisi, triadic patent agirlig
(Avrupa, Amerika ve Japon Patent Ofislerindeki tesciller), korunan iilkelerin gayrisafi
milli hasilast (GMH) ve her iilkenin pazar biyiikligiinii derecelendirme baslica
kriterler olarak gorulmektedir. Cizelge 3.13’te de goriilecegi lizere diinyada GMH’nin
yiiksek oldugu iilkeler ile fikri haklarin en gelismis oldugu cografyalar birkag istisna
disinda ortiismektedir. GMH nin yiiksekligi ayrica iilkelerdeki pazar biiyiikliigiine ve
potansiyeline de isaret etmekte, dolayli olarak patent korumasinin en karli bi¢imde

ticarilestirilebilecegi sonucu dogurmaktadir.
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Cizelge 3.13:2019 yili dolar cinsinden GMH siralamasi (Diinya Bankas1,2019)

Sira Ulke GMH (dolar)
1 ABD 21,439,453
2 Cin 14,140,163
3 Japonya 5,154,475
4 Almanya 3,863,344
5 Hindistan 2,935,570
6 | Birlesik Krallik 2,743,586
7 Fransa 2,707,074
8 Italya 1,988,636
9 Brezilya 1,847,020
10 Kanada 1,730,914
11 Rusya 1,637,892
12 Guney Kore 1,629,532
13 1spanya 1,397,870
14 Avusturalya 1,376,255
15 Meksika 1,274,175
16 Endonezya 1,111,713
17 Hollanda 902,355
18 S. Arabistan 779,289
19 Turkiye 743,708
20 Isvigre 715,360

Cizelge 3.14’te yer alan calismalarin pek ¢ogunda 6zellikle Avrupa, Amerika ve
Japonya Patent Ofislerinin tescillerine sahip patentleri (Triadic Patent) deger
fonksiyonu iginde daha fazla agirliklandirilmasi tercih edilmektedir. Bu tlkelerde hem
fikri mulkiyet haklarinin en giiglii sekilde korunmasi hem en biiyiik pazarlara sahip
olunmasi bu agirliklandirmada etkili olmustur. Baska bir ¢alismada ise ¢ok fazla
iilkede korunan patentlerin korundugu {ilke sayisini logaritmik olarak Olgerek
korundugu {ilke sayis1 arttikga patent degerinin dogrusal artmadigi ayrica
vurgulanmaktadir. Neredeyse tiim calismalarda temel gosterge olarak patent lisans
gelirlerinin yiiksek, sinai miilkiyet haklarmin giiclii ve pazar biyiikliigiiniin fazla
oldugu, 6zetle patent ticarilestirme olanagi sunan, iilkeleri daha fazla agirliklandirarak
rekabetin daha adil yapilabildigi cografyalar derecelendirilmektedir. Patent
ticarilestirmenin ise ¢cogunlukla gayrisafi milli hasila (GMH) ile yiiksek bir pozitif
korelasyonu tespit edilmektedir. Dolayisiyla basat olarak GMH’ye gore endekslenen
bir sayisal agirliklandirma sonucu koruma alinan {ilkere belirli degerler atanmaktadir.
Belirli bir patent portfoyl iginde yer alan patentlerin deger endeksini olustururken en

fazla patent-lisans davalarinin ve sézlesmelerinin yapildig tilke olan Amerika Birlesik
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Devletleri’nin GMH’sine gore normalize ederek bir katsay1 bulmak literatiirdeki bir
baska yaklasimdir. Dolayisiyla, 6zellikle hedef pazarlarda alinan patent tescillerinin
degerlerini iilke ekonomileriyle paralel degerlemek bir segenektir. Frietsch ve dig.
(2014) patent aile biiytlikliigin agirlig1 ile ithalat, GMH, niifus biyiikligii, kiiresel
rekabet giicii endeksi, yerel rekabetin yogunlugu ve patent sistemlerinin giicli gibi
onerilen diger degiskenler arasindaki korelasyonu vurgulamistir. Aile blyiikligi

degerlendirmesine ¢ok daha fazla metrik eklemek miimkiindiir.

Cizelge 3.14 : Paten degeri ve patent aile biiyiikliigii aragtirmalari.

Patent Deger Degerlendirme Kaynak
Olguisu
Patent aile Japon, ABD ve Avrupa patent Sapsalis ve van
biliytikligi basvurularina 6zel agirliklandirma  Pottelsberghe de la Potterie
(2007)
Giris yapilan iilke sayisinin Reitzig (2004)
logaritmik degeri
Giris yapilan iilke sayisinin Harhoff ve dig. (2003)
logaritmik degeri
Ulke tipolojilerine gére 6zel Guellec ve van
agirliklandirma Pottelsberghe de la Potterie
(2000, 2002)
Patent aile biiytikliigii icinde Fabry ve dig. (2006)
triadic(US, EP, JP) patent agirligi
Giris yapilan iilke sayis1 Tag (2019)
Ulkelerin Tescilli patentlerin degerini ABD Ernst ve Omland (2011)
GMH’si GMH’sine gore normalize etme
Aile GMH’ye gore tilke Lanjouw ve dig. (1998),
biliytikligi agirliklandirmasi lizerinde deger Kabore (2012)
agirligi endeksi

Ote yandan aile blyukliigiiniin patent kalitesi {izerindeki etkisi farkli iilkelerdeki
yenileme ve bagvuru icretlerine yeterli bir sermaye ve farkli Ulkelerde patent
vekilleriyle calisarak ihlal tespiti yapma yetkinligini de gerektirdigi i¢in firmalarin
cirosuyla ve biiyiikliigiiyle de dolayli olarak alakalidir. Orneklemek gerekirse, pazar
lideri A firmasina ait bir buzdolab1 patentinin rekabette engelleyici 6zelligi diisiik
olmasina ragmen A firmasimin yiiksek fikri haklar biitcesinden dolay1 tiim dlnyada
(ABD, Japonya, Avrupa) korunmasi stratejisi izlenebilirken pazarda takip¢i durumda
olan B firmasi diisiik fikri haklar biit¢esinden dolay1 rekabete daha fazla etkiyecek
veya rakibi ihlale zorlayabilecek bir tescilde sadece ulusal koruma ile
yetinebilmektedir. Dolayisiyla cogarafi alan korumas: gibi kalite 6lgtleri firma ve

pazar bliyilikliiglinden bagimsiz diigiiniilemez (Van Triest ve Vis, 2007).
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3.5.1.7. Ihlal tespit yontemi

Patent kalite gostergelerinde dnemli bir diger konu rakipler tarafindan olasi bir patent
ihlalinin tespit edilebilirligidir. Patentten dogan hakkin ihlali sayilan fiiller izinsiz
bulus konusu iirlinii iretme sonucu taklit etme, tecaviiz yoluyla iiretilen tliriinleri veya
usulleri ticarilestirmek veya ticari maksatla sozlesmeler yapmak veya verilen bir
lisans1 izinsiz genisletmek olarak sayilmakta ve patente tecaviiz olarak
adlandirilmaktadir (SMK, madde 141). Bu ¢alismadaki ihlal kavrami pratik anlamiyla
rakiplerin patent korumalarini ihlal etmesi olarak yorumlanabilir. Rakipler tarafindan
gerceklestirilen ihlal tespitinin gorece kolay patentlerin, tespit isleminin daha zor
oldugu patentlere kiyasla daha biiyiik deger yaratabilecegi yaygin bir kanidir. IPScore
degerlendirmesi i¢inde yer alan ihlal tespitinin zorlugunu derecelendiren bir
degerlendirme sorusu da bulunmakta ve i¢ portfdy yonetiminde kolay ihlal tespiti

yapilabilenlerin degerli atfedilmesi dngoriilmektedir.

Patentin ihlalin kolay tespit edilmesi veya bir bagka deyisle kolay ispatlanabilirligi
hem ihlal yapan tarafi uzun, belirsiz ve masrafli bir siire¢ olan mahkeme yoluna
gitmeden anlagmakla ilgili ikna etme hususunda hem de uzlasma kabul edilmedigi
takdirde mahkemede karar mercinin daha kolay ikna olabilmesi hususunda oldukca
anlamli bir degere sahip olmaktadir. Benzer sekilde, rakip sahis veya firmalarin ihlal
sonucu lisans veya telif gibi gelir yaratan uzlagmalara ikna edilmesi de kolay bicimde

tespit edilebilen ihlallerde ¢cok daha yiiksek ihtimal tasimaktadir (Reitzig, 2003).

Ihlal tespiti konusu ele almirken hem ihlalin bulundugu ortammn hem de bulunma
yonteminin ele almmas1 gerekmektedir. Ihlal tespitinin bulundugu ortam oldukca
farklilik gosterebilmektedir. Listeleyecek olursak, miisteriler, satis elemanlari, ticari
fuarlar, sergiler veya rakip lriin alim1 yapilarak test odalarinda yapilan incelemeler
sonucu ihlal ortaya ¢ikabilmektedir. Uluslararasi dagitim agina sahip firmalar igin
patent izleme ve ihlal takip yogun bir isglicii gerektirmektedir. Dolayisiyla kii¢iik
firmalarin sahip olamadiklar1 genis patent portfoyii ve deneyimli fikri haklar
uzmanlarindan dolayi ihlal tespit konusunda dezavantajli olduklar asikardir. Ihlalin
tespit zorlugu bu durumda biiylik bir rol oynamaktadir. Yapilan g¢aligmalarda
buluslarin iiriin veya yontem iizerinden degerlendirildigi ve genel kabul olarak yontem
buluslarinin ihlal tespitinin gorece zor oldugu anlatilmaktadir. Ornegin, iiretim
yontemleri genellikle ticari sir olarak korunmakta ve ihlal tespiti genellikle mimkin

olmadig1 gibi kimyasal bilesimler ve fiziksel yapilardaki tiretim yontemi patentleri igin
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ihlal tespiti yapmak tersine miihendislik gerektirdiginden ¢ok daha zorlagsmaktadir.
S6z gelimi, kafas1 iizerinde {iggen bir delige sahip vida patentini Uriinler iizerinde
oldukea kolay tespit edebilirken, kafasi lizerinde {iggen bir delige sahip vida iiretme
yontemini tespit etmek tretim hatlarina erisim miimkiin olmadigindan dolay1 miimkiin
olmamaktadir. Ek olarak, birden fazla teknolojik alana dahil olan buluslar yiiksek
karmasik yapilarindan dolay1r benzer sekilde ihlale konu olmalar1 zorlagsmaktadir
(Nutter ve dig., 2008). Patent degerlemesi ile ilgili bir ¢alismada ihlal edilebilirlik
bakimindan buluslar alti kategoriye ayrilmaktadir. ilk olarak tespiti kolay ihlaller,
ikinci olarak sanal olanlar, {li¢iincii olarak gercek tiriiniin patlatilmis halinin gerektigi
ihlaller, dordiincti olarak dis test gereken ihlaller, besinci olarak tespiti miimkiin
olmayan ihlaller, altinct olarak dava gerektiren ihlaller olarak ifade edilmektedir
(DiGiammarino, 2007). Caligmadaki yazarlar bir yontem patentinin ihlal tespitini
yapmak i¢in hak sahibinin liretim dokiimanlarina ihtiya¢ duyuluyorsa patentin degeri
uzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldugunu ve kanitlanamayan ihlalin teknik

degerinin diisiik oldugunu vurgulamaktadir (Nutter ve dig., 2008).

Ihlali kolay tespit etmenin arkasinda yatan motivasyonlardan biri de bir patent
tescilinin elde edilmesi ve rekabette izlenmesinin maliyetinin patentin izlenme
yapilmaksizin sadece korumaci amagla canli tutulmasina kiyasla daha karli oldugu
durumlar tespit etmektir. Korumaci patent stratejisi yerine daha aktif bigimde ihlal
bulmaya yonelik bir strateji izleyen firma igin ihlalin tespitinin ve kanitlanabilirliginin
diistik oldugu durumlarda potansiyel alic1 firmaya lisans satmak ve patentin degerinin
yiiksekligine ikna etmek zorlasmaktadir (Kobler, 2005). Ote yandan daha once de
deginildigi lizere pek ¢ok calismada buluslari iiriin veya yontem olarak ikiye
ayirdigimizda yontem buluglarinin hem daha zor taklit edilmesi hem de daha zor ihlal
tespiti yapilabilecegi sebebiyle yazilim veya proses gelistiren firmalarin bu tip yontem
patentlerine ait portfoylerinin daha kiiciikk oldugu ampirik olarak ortaya konmustur
(Peeters, 2006). Ozellikle ydntem patentlerine sahip telekomiinikasyon firmalarinin
son uriindeki algoritmalar1 patent yaymnlar1 ile halka acik hale getirmek konusunda

istekli olmadiklar1 bilinmektedir. (Davis ve Kjaer, 2003)

Ozellikle sektorel bazda ihlal tespit yontemlerinde pek ¢ok ayrisma bulunmaktadir.
Ilag veya biyokimya gibi alanlarda laboratuvarda inceleme ve analiz gerekirken
mekanik ve elektronik alanindaki buluslarda tersine mithendislik ve testler gegcerli

olmaktadir. Beyaz esya Ozelinde ise tersine miihendislik faaliyetleriyle rekabetteki

69



firmalarin gergeklestirebilecegi mekanik, elektronik ve yazilimsal buluglar firmalar
tarafindan engellenebilmektedir. Ornegin, bir kahve makinesinde yapilan yeni bir
sensor yerlesimi kolayca tespit edilebilirken kahve makinesinin ¢aligma prensibini
kuran algoritmalara bagli yontemler gorece daha zor goriilmektedir. Bir baska
calismada, ABD kaynakli 2000-2007 aras1 ihlal davalarini arastiran bir ¢alismada
ihlale konu patentlerin goriildiigli vakalarda teknoloji sinifina gore bakildiginda en ¢ok
ihlal edilen alan dominant olarak yazilim ortaya ¢ikarken, en az bir defa ihlal edilen
patentlerde mekanik ve elektronik siniflar1 6ne ¢ikmaktadir. Dolayistyla yazilim veya
algoritma patentlerinin ayni anda ¢ok daha fazla rakip tarafindan ihlal edilebilirligi
bulunurken, mekanik ve elektronik patentlerinin bir ¢alilik olusturarak rakiplerden en
az birini ihlale zorladig1 sonucu ¢ikartilabilmektedir (Allison ve dig., 2009). Kisacast,
rakiplerin bir patenti kullanim1 halinde ihlali tespit etme kolayliginin
derecelendirilmesi ihtiyact dogmakta ve buna bagli olarak ne gibi ihlal tespit
yontemlerine bagvurulduguna bakmak gerekmektedir. Bu durumda kriter olarak ihlal
tespitinin daha az maliyetli olmasi ve anlasmazlik durumunda ihlal eden tarafa s6z
konusu fikri hak ihlalini ispatlamanin daha kolay olmasi kabul edilebilmektedir.
Ihlallerin bulunmasinin zor veya maliyetli olmas1 yine benzer sekilde patentin degerini

azaltmaktadir.

Rakip drlnlerdeki patent ihlallerinin tespit edilmesinde farkli ydntemler
kullanilmaktadir. Yontemlerin kolaylig1 ile patentin kalitesi arasinda dogru orantili bir

iliski oldugu diisiintilmektedir. Baslica kullanilan yontemler kisaca soyledir:
Gorsel Benchmark Metodu:

Herhangi bir mudahaleye ihtiyag duymaksizin gergeklestirilen ve sadece gorsel
karsilastirma gerektiren patentlerde kullanilan bir metottur. Ornegin bir deterjan
cekmecesinin igerisinde yer alan bir cep yapist veya iriiniin goriiniir bolgesinde yer
alan bir sensor yerlesimi disiiniilebilir. Herhangi bir arag-gerece ihtiya¢ duyulmaz.

Sergi veya fuarlarda iiriin {izerinde dogrudan tespiti yapilabilen benchmark cesididir.
Basit Mekanik Benchmark Metodu:

Uriinlere hasar verecek bir midahaleye gerek kalmaksizin sadece basit gerecler
gerektiren patentlerde kullanilan bir metottur. Genellikle alet edevat vasitasiyla

(tornavida, alyan, pense vb.) {iriinii kismen demonte ederek ulasilabilen benchmark
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cesididir. Ornegin, bir ¢amasir makinesi kapag1 iizerinde gomuli olarak yer alan

kilitleme mekanizmasinin i¢ yapisi olarak diistiniilebilir.
Calistirma Testi Benchmark Metodu:

Calistirma testleri yapilmadan patente konu iriine ait teknik unsurlarin tespit
edilemedigi patentler i¢in kullanilan bir metottur. Uriinlerin genellikle elektriksel veya
mekanik baglantis1 yapildiktan sonra tespit edilen patentlerdir. Ornegin, kahve
makinesi lizerinde kahve tasimini algilayan sensorii kontrol etmeyi saglayan bir
kontrol {initesi Ornek olarak verilebilmektedir. Birtakim kontrollll deneyler

gerektirmekte ve kismen zor bir yontem olarak kabul edilmektedir.
Tahribatli islem Benchmark Metodu:

Uriinler {izerinde tahribat birakabilecek tiirde miidahalelere ihtiya¢ duyan patentlerde
kullanilan bir metottur. Uriinde geri doniisii olmayacak sekilde kalici hasarlar
birakabilen benchmark’lardir. Ornegin, camasir makinesi tamburu icerisinde kaynakla
tambura birlestirilmis olan kanatlarin i¢ yapisinin incelenebilmesi icin kaynaklarin
kirilarak bakilmasi yoluyla benchmark yapilmasi bu durumu agiklamaktadir. Fuar gibi
halka agik yerlerde tespit edilmesi miimkiin olmayan ihlal gesitlerine yonelik bir

yontemdir.

Bu metotlarin disinda tespit edilemeyen durumlar bulunmakla beraber rekabette
oldukca az rastlanmakta ve patentin degeri agisinda en diisiik degere sahip oldugu

diistiniilmektedir.

3.5.1.8. Teknoloji simf genisligi

Patent ofislerinin, potansiyel bulus sahiplerinin, arastirma ve gelistirme birimlerinin,
teknolojinin gelisimi veya uygulanmasiyla ilgili birimlerin ve diger kullanicilarin,
patent bagvurularini yenilik ve bulug basamag kriterlerine gore degerlendirilebilmesi
ve detayl bir sekilde s6z konusu patentlere ait dokiimanlara ulasilabilmesi, ortak bir

patent siniflandirma sistemi kullanimini gerekmektedir. (Griliches, 1990)

Bu gereksinimi karsilamak tizere farkli ulusal patent siniflandirma sistemlerinin
kullanimiyla olusabilecek karisikligi engellemek igin patent dokiimanlarinin tek ve
aynt sekilde smiflandirilmast amaciyla Uluslararas1 Patent Siniflandirmasi
(International Patent Classification- IPC) sistemi olusturulmustur. Buna ek olarak,
yaygin olarak kullanilan CPC (Kooperatif Patent Siniflandirmasi) da hem EPO hem
USPTO tarafindan daha detayli siniflandirmalar yapmak i¢in bir bagka aractir.
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Uluslararas1 Patent Smiflandirmas1 (IPC), patentlerin ve faydali modellerin,
teknolojinin farkli alanlarina gore siiflandirilmasi icin, farkli dillerdeki kelimelerden
bagimsiz bir sekilde sembollerden olusan hiyerarsik bir sistem saglamaktadir. Boylece,
farkli ulusal patent siniflandirma sistemlerinin kullanimiyla olusabilecek karigiklik
engellenmekte ve patent dokiimanlar1 tek ve aynmi sekilde smiflandirilmaktadir
(Kurtulus, 2014). IPC, teknolojiyi yaklasik 70.000 alt grup igeren sekiz boliime (A-H)
ayirmakta ve her bir alt bolimde, rakamlar ve harflerden olusan bir sembol
bulunmaktadir. Her bir patent dokiimani i¢in bulusun ilgili oldugu alana ait uygun IPC
sembolleri yer almaktadir. IPC sembolleri, patent dokiimanini yayinlayan ulusal veya
bolgesel patent ofisleri tarafindan verilmekte, PCT belgeleri i¢in ise, IPC sembolleri
Uluslararast Arastirma Otoritesi (ISA) tarafindan verilmektedir (WIPO,2020c).

100°den fazla ulusal ve bolgesel patent Ofisi tarafindan IPC etkin bir sekilde
kullanilmaktadir. IPC sistemi dahilinde, ilgili patent ofisi tarafindan incelenen ve
inceleme sonucunda patent verilmesi kararlastirilan bulusa ait patent basvuru
dosyasina verilen bir IPC kodu ile patent bilgileri siniflandirilmaktadir. Bu noktada,
IPC Sistemi sektorel bir siniflama olmayip, sadece, teknik bir siniflamadir. (Kurtulus,
2014) IPC sisteminde, tiim teknikler, boliimlere, siniflara, alt siniflara, gruplara ve alt
gruplara ayrilir. Her bir alt grup da alt bir kisma sahip olabilir. IPC sisteminde bu alt
kisimlara harf ve sayilar1 bir arada igeren (alphanumeric) semboller verilir (OECD,

2011). Cizelge 3.15’te IPC ve CPC boliim kodlar ve agiklamalari yer almaktadir.

Cizelge 3.15: Teknoloji boliim siniflandirmasi.

Teknoloji Bolimu Aciklama

Insan ihtiyaglari
Operasyon yonetimi, tagimacilik

Kimya, metalurji
Tekstil, kagit
Sabit yapilar

Makine miihendisligi, aydinlatma, 1sitma
Fizik
Elektrik
Yeni teknolojik gelismelerin genel etiketlenmesi

< IOmTMMmMmUOmW>

CPC (Kooperatif Patent Siniflandirmasi) IPC'nin bir uzantisidir ve EPO ile USPTO
tarafindan miistereken yonetilir. CPC, IPC ile ayni1 sekiz bolimun (A-H) yani sira, yeni

veya birkag¢ boliimii bir arada kapsayan teknolojilerin etiketlenmesi i¢in ayr1 bir “Y™
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boliimiinii de igerir. Bunlar da siniflara, alt siniflara, gruplara ve alt gruplara ayrilir.

Yaklasik 250.000 siniflandirma girisi vardir.

Teknik sinif kodu patent basvuru yayini sirasinda tespit edilerek ilgili patentin koruma
kapsamin1 ve dolayistyla giiclinii dolayli olarak isaret eden bir faktor olusturmaktadir.
Hem EPO hem de diger ulusal ofislerde yapilan bagvurularda patentin sinifi 18 ay
sonra yapilan yayinin kapak sayfasinda ofis memuru tarafindan belirlenerek atanmakta
ve tekniginin bilinen durumu iginde rekabetteki kisi ve kurumlar i¢in hem
patentlenebilirlik hem faaliyet serbestligi arastirmasi yaparken bir parametre
olusturmaktadir. EPO veya diger ulusal arastirma raporlarinda tipik olarak bulus
konusu siniflandirmasi (classification of subject matter) ve arastirmada aranilan alan
(fields searched) kisimlar1 gosterilmektedir. Aranilan alan dort haneli IPC kodu olarak
kullanilmakta ve genel olarak boliim, sinif ve altsinif igermektedir (6rn. F25D, DOGF).
Her bir harf ve numara bagli bulunan birimi gostermekte ve sinif, grup 6zellikler ¢ift
haneyle ifade edilirken alt grup ve altindaki kisimlar {i¢ haneli ifade edilebilmektedir.

Bir ornek ile anlatmak gerekirse,

Patent yayiminda atanan IPC: F25D 23/02

Boliim F: Makine miihendisligi

Sinif 25: Buzdolab1 ve benzeri sogutma teknolojileri
Altsimif D: Buzdolab1 ve buz kutulari

Grup 23: Genel yapisal ozellikler

Alt grup 02: Kapilar kapaklar

CPC siniflandirma sistemi i¢inde en az bir siniflandirma kodu ilgili bulusa ait patente
atanir. Ek olarak bulus, birden fazla teknik alanda kullanimi1 miimkiinse, sahip oldugu
siniflandirma sayisi da bunla paralel artmaktadir. Her siniflandirma ifadesi
“F25D27/00” ve benzeri bir sembol icermektedir. Ilk harf olan “F” bulusun ait oldugu
boliimii, sonraki ¢ift haneli say1 olan “25” bulusun ait oldugu sinifi, sonraki harf olan
“D” bulusun ait oldugu alt boliimii gostermektedir. Uriime ait grup numarasimi belirten
alt bolimden sonra gelen sayi1 1 ila 3 hane arasinda degisebilmektedir. Daha alt grup
ve smniflart belirtmek icin arkasindan gelen ve “/” isareti ile ayrilan numaralar
kullanilmaktadir. Tiim terimler biitiiniiyle bir CPC kodu olusturmaktadir. Bir 6rnek ile

anlatmak gerekirse;
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Patent yayminda atanan CPC: F25D 27/00

Bolim F: Makine miithendisligi

Sinif 25: Buzdolab1 ve benzeri sogutma teknolojileri
Alt B6lim D: Buzdolabi ve buz kutulari

Grup 27: aydinlatma diizenlemeleri

Bu sistemler sayesinde; daha kolay teknik ve yasal bilgi erisimi icgin patent
dokiimanlariin nizami olarak dizilmesi, tiim kullanicilara patent verilerinin teknik
alanlara gore kategorize edilmis bir bicimde sunulmasi, teknolojinin belli bir alaninda
teknigin bilinen durumunun arastirilmast ve sinai miilkiyet istatistiklerinin
hazirlanmasinda kullanilan farkli teknik alanlardaki teknolojik gelismenin
degerlendirmesini yapabilmesi miimkiin olmaktadir.(Bozkurt, 2014) Burada dikkat
edilmesi gereken bir konu ise smiflandirma sistemleri bulusun koruma kapsamini
etkilememekte olup, yalnizca indeksleme ve aramada kolaylik saglama amaglari igin
patent dokiimanlarina dahil edilmektedir(Caligkan,2011).

Teknoloji sinifinin patent kalitesi ile olan tarihsel siireci ele alindiginda, patentin
degeri ve IPC sinif sayisi arasindaki korelasyon ilk defa Lerner (1994) tarafindan
ortaya atilmistir ve sinif sayisi arttik¢a patent degerinin de artacagi varsayimi ¢alisma
icindeki istatistiklerle dogrulanmaktadir. Bir bulusun disiplinler arasi bigimde
yapilmasi o bulusun korudugu alan1 dogal olarak artirabilmektedir. Farkli IPC siniflar1
icine giren patent Ozellikle diger patent bagvurulari i¢in teknigin bilinen durumu
dokiimanlar1 arasina girebilmektedir. Ornegin hem mekanik(F) hem elektronik(H)
siniflarina sahip bir patentin olusturdugu dnceki teknik bilgi sadece mekanik(H) olarak
yapilan ayni bulustan genellikle daha fazla olmaktadir. Bu sayede birden fazla
miihendislik disiplininin bir araya gelmesiyle bilinen teknik acgisindan daha giicli
dokiimanlar olusturulabilmektedir. Benzer sekilde, buharla dezenfeksiyon yapan bir
firm tasarimi hem AG61L olarak gecen objeleri sterilize etmeyle alakali saglik
kategorisinde hem de pisirici ve firinlarla alakali F24C kategorisinde degerlendirilerek
genis bir teknoloji kapsamina ulagsmakta ve rakipleri engelleyicilik vasfi sezgisel
olarak oldukg¢a artmaktadir. Teknoloji sinif genisliginin bir diger yonii ise, ayni
teknoloji alaninin farkli IPC boliimleri veya siniflarinda gecerli buluslarin rakipler
tarafindan ihlale daha zorlayici oldugunun diistiniilmesidir (Lai ve Che, 2009). S6z

gelimi hem yikayict hem kurutucu hem de buzdolabinda kullanilan bir sizdirmazlik
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eleman1 tasarimi F24C, DO6F ve F25D smiflari i¢inde genis bir teknoloji kapsamina
sahip olmakta ve rekabette engelleyici etkisi de dolayli olarak artmaktadir. Genel kabul
bu yonde olmasina ragmen, literatiirde teknoloji sinif genisligin patent kalitesine etkisi
gorece zayif bir korelasyon olarak ortaya ¢ikmaktadir. Asagida yer alan Cizelge 3.16
IPC simif sayisinin bir patent deger Olgiitii olarak kullanildigi caligmalari

listelemektedir.

Cizelge 3.16 : Patent degeri ve teknoloji sinif genisligi aragtirmalart.

Patent Deger Olgiisii Degerlendirme Kaynak
Teknoloji Sinif Patent kalite faktorii olarak IPC simif ~ Fabry ve dig.
Genigsligi (IPC) say1si (2006)

Ekonomik deger gostergesi olarak IPC ~ Lerner (1994)
sinif sayisi
Thlal gostergesi olarak IPC smif say1st Lai ve Che
(2009)

Burada ortak olarak IPC sinif sayis1 esas alinmakta ve patent kalitesi, ekonomik degeri
ve ihlale edilebilirlik iizerindeki etkisi agisindan teknolojik sinif genisliginin degerli

bulundugu ifade edilmektedir.

3.5.1.9. Diger objektif kriterler

Yukarida anlatilmakta olan kriterlerin disinda da literatiir ¢caligmalar1 yogun olarak
yapilmakta ve patent kalitesi i¢in gosterge olarak kabul edilebilmektedir. Bu ¢alismada
detayli olarak ele alinmayan fakat referans olusturabilecek bu Ol¢iiler 6zellikle
yenileme Gcreti yenilenmesi, portfoy sahibi firmanin piyasa degeri ve goreceli patent
konumu degerlendirmeye alinmaktadir. Cizelge 3.17°de bu kriterler kisaca
listelenmektedir. Yenileme iicretleri her bir patente yapilan masraflarin bagvuru
sahipleri tarafindan rasyonel siireglerle alman devam/terk kararlar1 diisiiniilerek
patentin degeri i¢in bir gosterge olacagi diisiincesini desteklemektedir. Aile biiyiikliigii
ve yenileme ticretlerine bagli calismada ise patentten elde edilen gelirin her iilke i¢inde
hesaplanmasi ve patent yillik ticretleriyle kiyaslanmasi1 dngoriilmektedir. Geri ve ileri
atiflardan faydalanarak buluslarin piyasa tizerindeki etkisini 6lgen bir baska calisma
bulunmakta ve son olarak teknolojik alandaki patent tescilinde lider firmalara bakarak
patent degerlerinin gorece degerini bulma yontemi literatiirde yer almaktadir.
Buradaki tiim caligmalar sirket ve piyasa dinamiklerine fazlaca dayanmasi sebebiyle

patentin teknik 6zelliklerinin disinda degerlendirmeler olarak goriilmekte ve firmadan
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firmaya oldukca fark gosterebilmektedir. Dolayisiyla bu ¢alismanin kapsami disinda

kalarak bir bagka ¢alismada daha detayli ele alinabilir.

Cizelge 3.17 : Patent degeri ve diger objektif kriter aragtirmalari.

Patent Deger Degerlendirme Kaynak
Olcusii
Yenileme Patent yenileme ticretlerinin dagilimi Pakes ve
Ucretleri incelenerek patent degeri dagilimi elde Schankerman
etme (1984), Park ve
Park (2006)
Aile biytikligii ve Ulke pazarlar1 6zelinde patentten elde Putnam (1996)

yenileme Ucretleri

edilen gelirin yenileme kararini belirlemesi

Piyasa degeri ve Pazar degeri ve gelecek nakit akisini geri Hall ve dig.
atiflar ve ileri atiflar {izerinden elde etme (2005)

Kurumsal piyasa Firmanin daha fazla patenti oldugu Chen ve Chang

degeri ve goreceli teknolojik alanda lider firma patent (2010)

patent konumu sayisina gore patent konumu

bulma(normalizasyon)

3.5.2. Subjektif kriterler
Portfoy yonetiminde patentin teknik tariflerinden kaynaklanan, objektif kriterlerle
saglanamayan, kisiden kisiye degisebilen bazi parametrelerin eklenmesi ve uzman
goriisii ile yorumlanmasi ihtiyact dogmaktadir. Ozellikle beyaz esya sektdriinde
yasanan deneyimler temel alinarak [PScore degerlendirmesinde “teknolojik durum”
altinda patentin kalitesi ile ilgili B.3, B.6 ve B.9 numarali {i¢ ayr1 sorulardan
faydalanilmistir. IPScore igerisinde firsatlar ve riskler ile alakali olarak oldukga
kapsamli degerlendirme sorularindan firsatlari ve riskleri ortaya cikartabilecek

nitelikteki sorular irdelenmektedir (IPScore, 2009).

3.5.2.1. Miisteri degeri

Patentlerin rekabette teknolojik Ustlinliik saglama ve pazar payr artirmaya dolaylh
olarak katki verdigi yaygin bir kamidir. Ozellikle fuar veya {iriin lansmani gibi
durumlarda pazarlama ve markalagmaya hizmet saglayan pek ¢ok gelistirme ve {iriin
tyilestirmesi yapilmaktadir. Firmalar c¢ogunlukla bu tip buluslari 6nceden
patentleyerek rakiplerin kars1 hamle yapmasini oldukga zorlagtirmaktadir. IPScore’da
tanimlanan siibjektif kriter dogrultusunda {iriin pazarlamasi i¢in kullanilabilecek ayirt
edici Ozelliklere sahip patentlerin miisteri agisindan bir deger yarattigi kabul
edilmektedir. Ornegin, bir ¢amasir makinesi igerisinde yer alan A, B ve C olarak (g
ayr1 patent tescili diistinelim. A patenti ¢amagir makinesi yan profilinin daha kolay

takilmasin1 saglayan bir kilavuz ile ilgilidir ve {iretimde montaj kolayligi
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saglamaktadir. B patenti camasir makinesi kapagi tizerinde yer alan bir tirnak yapisi
ile ilgilidir ve kapagin kolay ac¢ilmasini saglamaktadir. C patenti ise camasir makinesi
motoru lizerine yerlestirilen bir titresim sOniimleyici plaka ile ilgilidir ve ¢amasir
makinesinin ¢alisma sesini belirli bir desibelin altina indirmektedir. Burada C patenti
“piyasadaki en sessiz ¢camagir makinesi” ve benzeri miisteri i¢in ayirt edici veya
pazarlamaya hizmet eden bir koruma saglayabileceginden dolay1 miisteri tarafinda bir
deger yaratmaktadir. Ozellikle marka imajina katk1 sunan bu tip korumalarin patent
kalitesine etki ettigi diisiiniilmektedir. A patentindeki gibi imalat odakli patentler veya
B patentindeki gibi Orin yararlilik degeri saglayan fakat ifade edilebilir olmayan
tyilestirmeler miisteri agisindan daha az pazarlanabilir degerdedir. Asagida IPScore

icinde 5 lizerinden puanlandirilan ilgili soru yer almaktadir (IPScore, 2009).
Teknolojinin pazar degeri (miisteri degeri) var midir?

1: Patent, ifade edilmesi c¢ok giic olan bir iriin yararlilik degeri iyilestirmesi

saglamaktadir.

2: Patent, ifade edilmesi gii¢ olan bir iirlin yararlilik degeri iyilestirmesi saglamaktadir.
3: Patent, ifade edilebilir bir iiriin yararlilik degeri iyilestirmesi saglamaktadir.

4: Patent, ifade edilmesi gii¢ olan bir {irlin yararlilik degeri iyilestirmesi saglamaktadir.

5: Patent, iirlinlin pazarlamasi i¢in kullanilabilecek ayirt edici 6zellikler saglamaktadir.

3.5.2.2. Taklit edilebilirlik

Uriin gelistirmede o6zellikle patentlerin sagladigi korumalar rakiplerin benzer
teknolojiler gelistirmesini engelleyerek pazar payr kaybina yol agmaktadir.
Dolayisiyla, tescilli bir patenti ihlal edebilecek taklit iiriinlerin iiretimin zor ve
teknolojisin karmagik olmasi patentin kalitesine olumlu bir katki saglayacaktir. Aksi
halde teknolojisi kolayca tanimlanarak tersine miihendislikle kolay bir bigimde taklit
edilebilecek patentli buluglar rekabette istenmeyen bir durumdur. Kolay taklit
edilebilirlik bir bakima alternatif teknik ¢6ziim bulma seceneginin de bir ifadesi
say1lmaktadir. Kolay taklit edilebilen buluslar muhtemelen ikame teknolojisi de kolay
gelistirilebilecek nitelikte olacak ve patentin koruma giicli kismen azalacaktir. Diger
taraftan, Ozellikle oligopol piyasalarda (beyaz esya, tiiketici elektronigi) yapilan
buluslarin rakip tarafindan taklit edilme kabiliyeti biriken yliksek teknik
bilgiden(know-how) dolay1 firmalar acisindan birbirine ¢ok yakindir (Ozkul, 2011).

Diger bir deyisle, soz konusu sektorlerde yapilan iiriin gelistirmesi herhangi bir firma
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tarafindan kisa bir siirede taklit edilerek iiretilebilmektedir. Kisacasi tam rekabete daha
yakin piyasalarda taklit edilebilirlik bir kriter olarak ele alinabilirken oligopol
piyasalarda anlamli bir etkisi gozlenememektedir. Asagida IPScore iginde 5 Gizerinden

puanlandirilan ilgili soru yer almaktadir (IPScore, 2009).

Thlal eden taklit {iriinlerin iiretilmesi kolay m1?

1: Teknoloji kolayca tanimlanabilir, taklidi ve liretimi kolaydir.

2: Teknolojinin taklidi ve tliretimi kolaydir.

3: Teknoloji nispeten kolayca tanimlanabilir, taklidi ve tiretimi kolaydir.
4: Teknoloji karmasgiktir, taklidi ve liretimi zordur.

5: Teknoloji karmasiktir, taklidi ve {iretimi ¢ok zordur.

3.5.2.3. Teknoloji olgunluk seviyesi

NASA’nin kesfettigi ve agirlikli olarak ABD’de kullanilan bir derecelendirme olan
Teknoloji Olgunluk Seviyesi (Technology Readiness Level- TRL) metrigi sayesinde
herhangi bir teknolojinin olgunluk seviyesine gore bir derece verilmekte ve 6zellikle
hayata gegirilirken alinan riski 6l¢iimleme ve teknoloji lisanslama-satis gibi konularda
bir taban olusturmaktadir. Risk-deger analizlerinde yer alan TRL, Cizelge 3.18’de
goriildiigii sekliyle smiflandirilabilmektedir. (Raghu, 2017) ilk seviye olan temel
teknoloji arastirmadan son seviye olan yeterliligi kanitlanan teknolojiyi pazara
sunmaya kadar 9 farkl1 teknoloji diizeyi tanimlanmaktadir. Belirli periyotlara baglanan
bu teknolojik hazirlik evreleri bir patentleme siireci i¢in de etkin rol oynamaktadir.
Sonug olarak, bir bulusa iligkin patent teori asamasindan tam 6lgekli {iretim asamasina
yaklastik¢a ekonomik degerine ve dolayl1 olarak patent kalitesine olumlu etkimektedir.
Asagida [PScore i¢inde 5 lizerinden puanlandirilan ilgili soru yer almaktadir (IPScore,

2009).

Bulus ne derecede test edilmistir?

1: Bulus hesaplara gore teoride test edilmistir.
2: Bazi testler yapilmigtir.

3: Uretim testi tamamlanmustir.

4: Deneme iiretimi tamamlanmustir.

5: Tam o6lgekli iiretimle test edilmistir.
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Cizelge 3.18 : Teknoloji olgunluk seviyeleri ve asamalart.

Seviye Aciklama Asama

TRL 9 | Asil teknoloji basarili sekilde islemleri Teknoloji ve sistem testi,

yapmak icin yeterli hale gelir. kalifikasyon ve operayon
TRL 8 | Asil teknoloji sistemi tamamlanir ve test- Sistem ve alt sistem
demo igin yeterli hale gelir. gelistirme
TRL 7 | Operasyonel ortamda teknolojik sistem Sistem ve alt sistem
demosu yapilir. gelistirme

TRL 6 Ilgili ortamda teknolojik sistem veya Teknoloji gelistirme ve demo
altsistem demosu yapilir.

TRL 5 Ilgili ortamda teknoloji bilesenleri ve Teknoloji gelistirme ve demo
altsistemleri gecerli hale getirilir.

TRL 4 | Labaruvar ortaminda teknoloji bilesenleri Fizibilite kanit arastirmasi
ve altsistemleri gecerli hale getirilir.

TRL3 Analitik ve deneysel kritik islev ispati Fizibilite kanit arastirmasi
yapilir.
TRL 2 Teknoloji konsepti ve uygulamasi Fizibilite kanit aragtirmas1
formdile edilir.
TRL1 Temel prensipler gozlemlenir ve Temel arastirma
raporlanir.

3.5.2.4. Diger siibjektif kriterler

IPScore’daki tiim sorular ve sektorel tecriibeler diisliniildiigiinde literatiirde
aragtirilabilecek siibjektif kriterler de ¢ogaltilabilir. Asagida yer alan tabloda IPScore
icerisinde 1’den 5’¢ kadar numaralandirilmis bazi sorulardan ¢ikarilan siibjektif
kriterler bulunmaktadir. Bu ¢alismada degerlendirme dis1 birakilmasina ragmen farkli

i3 sahalari i¢in i¢ portfdy yonetiminde kullanim alanlar1 miimkiin olabilmektedir.

Cizelge 3.19°da goriildiigii tizere firmalar tarafindan ihlali tespit etmeye yonelik ne
kadar kapsamli bir izleme yapildiginin derecelendirilmesine, patent haklarimin ihlal
edildigi durumlarda rakiplerine yaptirim agisindan maddi ve hukuki olarak ne kadar
yeterlilige sahip olduguna, patentin teknik ¢oziimiin ne kadar alternatifli oldugunun
teknik uzman goziinden dlglilmesine ve patentin bagvuru sahibinin ana is sahasiyla ne
kadar ortiistiigline dair birtakim gdostergeler sunulmaktadir. Bu ¢alismada sirket ve
piyasa sartlarina daha cok agirlik veren kriterler yerine agirlikli olarak patent
belgesinin kendisinden kaynaklanan kriterler ele alinmaktadir. Ozetle, bu calismaya
konu sektor acisindan da uygulanabilirligi diisiik oldugundan yukaridaki kriterler bir

baska ¢alismanin konusu olarak goériilmektedir.
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Cizelge 3.19: Patent degeri ve diger stibjektif kriterler.

Patent Deger Olgiisii Degerlendirme Kaynak

Thlale kars1 izleme Kiiresel izlemenin yapilma derecesi IPScore
A.6

Sirketin patent haklarin1 | itiraz, ihlal veya tecaviiz konularinda maddi  IPScore
yaptirim giicii ve hukuki yaptirim giicii derecesi A.8

Ikame edilebilirlik Piyasada bulusun alternatifinin yiiksek veya  IPScore
diistiik bulunma derecesi CA4

Ana teknoloji derecesi Patent sahibinin ana teknolojilerine bagl IPScore
olma derecesi E.7
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4. BEYAZ ESYA SEKTORU VE PATENT

Bu boliimde beyaz esya sektoriine yonelik genel bir bakis verilerek sektoriin ana iiriin
gruplarina bagli kendi dinamikleri tizerinden patent basvuru ve tescil istatistikleri
yorumlanacaktir. Ek olarak, her iiriin grubu 6zelinde patent tescillerine dayali bir takim
objektif patent kalite kriterlerine dair tablolar ve bunlarin yorumlamalar1 yapilacaktir.
Tiirkiye ve Avrupa’da patent portféyii en genis firmalarin patent tescillerin konumu
ve Ozellikle itiraza konu olarak degerli oldugu varsayilan patent tescillerinin tiim
tesciller igerisindeki konumu degerlendirilecektir. Sonug olarak, beyaz esyaya bagl
teknoloji smiflarinin literatiirde yer alan birtakim objektif patent kalite kriterler

bazinda ortalamalarina dair gézlemde bulunulacaktir.

4.1. Beyaz Esya Sektoriine Bakis

Beyaz esya sektorii hem Tiirkiye hem diinya genelinde yogun sekilde ar-ge yatirimi ve
insan kaynagi ayrilan teknolojik alanlarm basinda gelmektedir. Uretim acisindan
mekanikten elektronige farkli disiplinlerin birlesiminden olusan alt sistem ve
bilesenlerin montajinin yapildigi ve benzer iiretim tekniklerinin gozlendigi bir
sektordiir. Bonaglia, Goldstein ve Mathews (2007) tarafindan yapilan bir ¢alismada
beyaz esya iireticisi firmalar {i¢ gruba ayrilmaktadir. ilk gruptaki firmalar, diinya
genelinde tiretim ve satig agina sahipken ikinci gruptaki firmalar, kendi tlkeleri ile
birlikte yakin pazarlarda bolgesel olarak faaliyet gdstermekte, iliclincii gruptaki
firmalar ise tek bir Glkede Gretim yaparlar. Tipik olarak ikinci ve t¢tnci grup firmalar
daha kisitli ar-ge bitgeleri ile fason-taklit Gretim yapan veya lisans alan firma
kimliginde iken birinci grup firmalar daha fazla teknolojide oncii ve fikri haklar
konusunda derin birikimi olan firmalardir. Gruplar arasi geciskenlik gdzlemlenebilen
beyaz egya sektoriinde Tiirkiye 6zelinde 6rnek olarak yerel bir iiretici olan ve montaj
sanayisine bagli liretim yaparak baslayan Argelik firmasinin tiim diinya genelinde
yaygin bir satig agina ve derin bir fikri haklar portfoytine sahip olarak tc¢unci gruptan
ilk gruba gecis yaptig1 sOylenebilmektedir. Genel egilim olaraksa ilk gruptaki

firmalarin biiylik bir kismi gelismis llkelere aitken gelismekte olan iilkelere ait
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firmalar daha ¢ok ikinci ve tglincl gruba girmektedirler. Ancak basta Cin ve Tiirkiye

olmak tizere gelismekte olan iilke firmalar1 da iiretim ve satis aglarin1 diinya geneline

yaymaya baslamislardir. Beyaz esya sektoriiniin her sektor gibi liretim, satig ve miisteri

egilimlerinden kaynakli birtakim karakteristik ozellikler tasidigini sdylemek

mimkiindiir. Bu 6zellikler kisaca asagida listelenmektedir.

Beyaz esya sektorii 6lgek yogun sanayi olarak tanimlanmakta ve ireticilerin
rekabet giiciiniin kaynag1 6lgek ekonomisiyle orgiitsel yetkinligi olmaktadir
(Pavitt, 1984). Beyaz esya sektoriindeki diisiik kar marjlarindan dolay1
Olgeklendirme diger sektorlere kiyasla daha 6n plana ¢ikmaktadir.

Sektorde iiriinler deneyime bagli mallar oldugundan marka bagimlilig1 oldukca
yiiksektir. Deneyime bagli mallar, beyaz esya Urlinlerinde de goriilebilecegi
iizere tikketimden Once kalite ve fiyat gibi {iriin 6zelliklerini ayirt etmenin ¢ok
zor oldugu iriin ve hizmetlerdir. S6z konusu oOzellikler ancak tiikketim
asamasinda anlagilabilir. Dolayisiyla fiyat diisiikligii oldugu durumda kalitesiz
Urlinden ya da bilinmeyen bir nedenden kaynaklanabilir sliphesi ile fiyat
esnekligi diisiik bir piyasa olusmaktadir (Ozkul, 2011).

Beyaz esya sektorii oligopol 6zellikler gosteren ve belirli sayida firmanin ilk
yatirim maliyeti yliksek fabrikalarla iiretim yapmasi sonucu olusturdugu bir is
sahasidir. Kiigiik ve orta biiyiikliikte isletmelerin rekabet giicliniin oldukc¢a az
oldugu ve son yillarda biiytik sirketlerin organik biiylime yerine satin alma-
birlesmelerin  siklikla tercih edildigi bir rekabet ortami bulundugu
bilinmektedir (Oztiirk, 2016). Sektdrde piyasa paylari yiiksek olan firmalar,
rakiplerini satin alarak ve perakendecilerle giiclii iliskiler kurarak fikri
miilkiyet (marka, patent) ve piyasa paylarini arttirmaya ¢alismaktadir (Ozkul,
2011, s. 121).

Genellikle en kaliteli Grlnleri iireten firmalar tarafindan beyaz esya sektoriine
giren yenilik, diger tireticiler ile {irtin gruplarina hizla yayilabilmektedir. ABD
beyaz esya sektori ile ilgili yaptig1 ¢alismada Hunger (2003) rakip firmalarin
gordiigii yeniligi kendi iiretimine uyarlamas: i¢in gereken siirenin bir yildan
daha uzun siirmedigini ortaya koymaktadir. Dolayisiyla, imalat kabiliyetlerinin
artmastyla fikri miilkiyet konusu sektorde gittikce Onem kazanmaktadir.

Uretim siirecindeki yenilikler, beyaz esya sektoriindeki arastirma ve gelistirme
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faaliyetlerinin ¢ogunlugunu olustururken yeni {irtin gelisimi ile ilgili ar-ge
faaliyetleri daha arka planda kalmaktadir.
Cizelge 4.1°de dayanikli tilketim mallarinin ne ¢esit siniflara ayrildigi ve bu siniflara
ait iiriin gruplar1 6zet olarak verilmektedir (TURKBESD, nd). Uriin gaminin ¢ok genis

olmasi ilk bakista dikkat ¢ekse de 6zellikle ana {iriin grubu tiim diinya pazarlari i¢in

belirleyicilik arz etmektedir.

Cizelge 4.1 : Dayanikli tiikketim mali kategorileri.

Dayanikli Tiiketim Mali Uriinler
Kategorisi
Ana Uriinler Buzdolabi, derin dondurucu, ¢amasir makinesi, kurutma
makinasi, bulasik makinesi ve firin
Kicuk Ev Aletleri Ocak, siipiirge, tost makinasi, robot, meyve presi,
blender, mikser
Elektrikli Ev Aletleri Klima, sofben, termosifon ve su aritma cihazi

Tiirkiye’nin tarihsel siirecine bakilacak olursa, temelleri 1950°1i yillarda atilmis olan
beyaz esya sektoriinde, 1959 yilinda yapilan ilk {iretimin ardindan, en biiyiik ikinci
gelisme 1990’11 yillarda meydana gelmistir. 1990’11 yillara kadar yabanci firmalara
bagimli olarak lisansli {iretim yapmakta olan beyaz esya sektorii tireticileri, sunulan
tesviklerle birlikte ar-geye yatirirm yapmaya baslamis ve bunun sonucunda kendi
teknolojisini iiretir hale gelmistir. (Komisyon, 2006, s. 88) Imalat sanayiinin 6nde
gelen sektorlerinden biri olan beyaz esya sektoriinde, 1990’11 yillarda verilmis olan ar-
ge destekleri de dikkate alindiginda, ¢ikt1 olarak gerceklesen patent sayilarindaki artis
da kacinilmazdir (Bagpinar,2008). Asagida yer alan Sekil 4.1°de Tiirkiye’de beyaz
esya sektorii i¢in yillara gore kilometre tas1 sayilabilecek gelismeler kisaca verilmekte
ve bu gelisimin beyaz esya sektoriinde ihracat, ar-ge ve patent iliskisine olan etkisi

goriilebilmektedir (MUSIAD, 2015).
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1955-1965 1965-1990 1990-2000 2000+
+ 1955 Siitliice'de ilk + 1974 lIk yerli tam + 1993 Ik yerli bulagik * Fabrikalarda

beyaz esya Uretimi otomatik camasir makinesi modernizasyon, patent
* 1965 ilk yerli gamasir makinesi * 1995 Sektorde temelli ar-ge ve ihracat

+ 1960 llk yerli buzdolabi + 1989 Beyaz egya kapasite artirimi odakli Gretim
+ 1963 Ik yerli firin gumrik vergisi indirimi + 1996 Glimriik birligi
anlagmasi
+ 1997 Uretim ve yurtici
satista rekor

Sekil 4.1 : Tiirkiye’de beyaz esya sanayi gelisimi.
Uretim firmalar1 agisindan bakilacak olursa Tiirkiye’de beyaz esya sektdriinde
iiretimin yaklasik yiizde 75’1 ihracata yonelmekte ve Tiirkiye’nin en biiylik beyaz esya
ihracat pazari olarak tiim ihracat i¢inde aldig1 yiizde 77 pay ile Avrupa goze
carpmaktadir (TSKB, 2018). Diinya beyaz esya lretiminde ise Tiirkiye menseli
firmalarin Cin, Almanya ve Polonya’nin ardindan dordiincii sirada bulundugu
gOzlenmektedir (TURKBESD, nd). Son yillarda yurtdisindan artan biiyiikliklerde
ciro elde etmelerinin de etkisiyle fikri mulkiyet konusu da yerli firmalar igin gittikge
onem kazanmaktadir. Derwent Innovation patent veri tabanindan alinan verilere
bakildiginda, yurtiginde hem pazar hem patent lideri Arcelik firmasi gegmisten bugiine
1526 Avrupa Patent bagvurusu ve 996 Avrupa Patent tesciline sahipken en yakin rakibi
Vestel 857 Avrupa Patent basvurusu ve 245 Avrupa Patent tesciline sahiptir.
Dolayistyla tiim diinya ve Avrupa pazari i¢inde oldukca yogun bir rekabet yasanmakta

ve bu durum fikri miilkiyet korumalarina da dogrudan etki etmektedir.

4.2. Beyaz Esya Sektoriinde Patent

Patent agisindan beyaz esya sektorii ele alindiginda kendine 6zgii birtakim 6zelliklere
sahip oldugu goriilmektedir. Ozellikle son yillarda Tiirkiye’de yer alan global
firmalarin rekabeti sonucu Tiirkiye genelinde de patent korumalar1 ¢ok daha 6nemli
hale gelmektedir. Beyaz esya sektorli patent baglaminda diisiiniildiiglinde birtakim
ayirt edici 6zellikler barindirdigini sdylemek miimkiindiir. Bu 6zellikler kisaca asagida

listelenmektedir.
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Gelismis tiilkeler 6zelinde diger sektorlere kiyasla patent alma yogunlugunun
diisiik oldugu beyaz esya sektoriinde, ar-ge faaliyetlerinin diisiik yogunlukta
goriilmesi temel olarak maliyetler konusundaki yogun rekabet ve talebin marka
bagimlihigi ile iliskili olmasindan kaynaklanmaktadir (Ozkul, 2011, s. 122). Bu
durum teknik iistlinliik saglamaktan daha cok marka imaj1 yaratmanin 6n plana
¢iktig1 anlamina gelmektedir.

Uriin yelpazesi oldukca genis oldugundan dolay: girdi kalemi ve tedarikgi
sayis1 fazla olmakta ve wuluslararasi iiretim oOzelligi gostererek farkli
cografyalarda patent korumasini zorunlu kilan bir sektor kimligi tasimaktadir
(TSKB, 2018).

2000’1l yillarda teknolojinin gelismesi ile iyilestirilmis kalite standartlari,
iscilik maliyetleri ve tedarik agindan dolay1 iiretimin Avrupa’nin gelismis
iilkelerinden (Almanya, Italya) gelismekte olan iilkelerine (Tiirkiye, Polonya)
kaydig1 gozlenmektedir (Oztiirk, 2016). Bu duruma bir diger sebep olaraksa
beyaz esya sektortinin biylk Olcude standartlasip olgun {iriin asamasina
gelmesi ve gelismekte olan iilkelerin canli i¢ talep potansiyelinden dolayi
iiretimlerin de bu iilkede yapilmasinin daha hizli bir yatirnrm geri dondiirme
imkan1 saglamas1 gosterilmektedir (Ozkul, 2011).

Eczacilik gibi sektorlerin aksine patentli teknolojiler agisindan bir {iriin
iizerinde bir¢ok patentin yer almasindan dolay1 patentlerin iirlinlin satigina ve
pazardaki etkisine ulagmakta tahminler yetersiz kalmaktadir.

Televizyon gibi iirlinlere sahip lisans anlagsmalarinin yogun yapildig: tiiketici
elektronigi sektoriiniin aksine lisans anlagmalarinin daha az oldugu ve firmalar
tarafindan patent portfoylerinde dogrudan korumaci veya saldirgan stratejiler
izlendigi gozlenmektedir (Pentheroudakis ve Baron, 2017).

Beyaz esya friinleri, olgun mal asamasina gelmis {rlinler oldugu igin
sektordeki yenilikler, klasik ar-ge faaliyetlerinin yerine ¢ogunlukla
miihendislik faaliyetleri sonucu ortaya ¢tkmaktadir (Ozkul, 2011). Dolayistyla,
alan patent tescillerinde pazar1 degistirebilecek devrimsel buluslar ¢ikarma
yerine kiigiik iyilestirmeler saglama motivasyonu ¢ok daha yogun bir sekilde
ortaya ¢ikmaktadir.

Geligmis tilkelerde ve yiikselen pek ¢ok ekonomide beyaz esya sektdriinde

patent alma yogunlugu Tiirkiye gibi gelismekte olan ulkelerin tersine oldukga
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diisiiktiir (Ozkul, 2011). Bir baska deyisle, beyaz esya sektdriiniin gelismis
iilkelerde tiim patent basvuru ve tescil iginden aldig1 pay gelismekte olan
iilkelere kiyasla disiiktiir. Dolayisiyla, Tiirkiye Ozelinde beyaz esya
sektoriinlin patent ¢iktis1 amaglayan klasik ar-ge igindeki agirhigimnin geligmis

iilkelere kiyasla daha fazla oldugu sdylenebilmektedir.

Asagida yer alan Sekil 4.2’de TPMK (izerinden 2005-2015 arasi toplam patent tescil
sayilarinin IPC koduna gore dagilimi yer almaktadir. Beyaz esya sektoriiniin de yer
aldigi A, D ve F smiflar1 toplam bagvurunun yaklasik %40’in1 olusturmakta ve
Tiirkiye’de beyaz esya sektoriindeki rekabetin somut bir gostergesi olmaktadir (TPMK,
2016).

35000 31728

30000
% 25000 23298 23204
20000
15000 12125
9791
10000 8076
4901 5607

5000 I
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IPC kodu

Tescil Sayisi

Sekil 4.2 : 2005-2015 yillart aras1 IPC smiflarina gére TPMK patent
bagvurusu.

Beyaz esya sektoriinde patent tescil bagvurularmin artmasi ve bir¢ok patentin
korumasinin sona ermesi sonucu hem Tiirkiye hem de diger firmalar i¢in fikri mulkiyet
alaninda daha fazla rekabet yasanmaktadir. Bu rekabet sonucu daha nitelikli patentlere
yonelim artmakta ve fikri miilkiyet konusunda daha derin bir altyap1 olusmaktadir.
Ozellikle Tiirkiye’de smai miilkiyetin lokomotifi olarak &n plana ¢ikan beyaz esya
sektdrii i¢in patent baglaminda yapilan ¢aligmalarin da benzer sekilde artis gostermesi

beklenmektedir.

4.3. Beyaz Esya Sektoriinde Yapilan Calismalar

Tiirkiye’de beyaz esya sektoriinde patent baglaminda yapilan calisma sayisi ¢ok
kisithidir. Bunlardan bir kism1 patentlerin bagvuru ve sonrasinda yarattig1 ekonomik
degere odaklanirken bir kism1 da etkin portfoy yonetimi veya patent bagvurusunun

tescil almasina yardimci kalite kriterleri gibi daha farkli boyutlarda ele alinmaktadir.
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Bir ¢alismada AB tarafindan belirlenen ve uluslararasi sanayi siniflandirmasi olan
NACE kodlarima denk gelen beyaz esya IPC kodlar1t A47L, DO6F, F24C ve F25D’nin
de aralarinda oldugu ve NACE kodu 29.7 olan “Bagka Yerde Siniflandirilmamis Ev
Aletleri Imalat” smifi iginde yer alan bu teknik alan Gizerinde ihracat, satis veya katma

deger gibi gostergelerin patent bagvurusuna olan etkileri incelenmektedir (Saatgioglu,
2013).

Beyaz esya sektoriinde yer alan birtakim korelasyonlart belirten bu ¢alisma, Arcelik
firmasinin da yer aldig1 Tiirkiye’de iiretim yaparak pazarin ylizde 70’ini olusturan ii¢
biiyiik beyaz esya iireticisi firmay1 incelemektedir. Cikt1 olarak hem sirketler hem de
beyaz esya sektorli 6zelinde Tiirk patent bagvurular1 ve toplam satis -ihracat degeri
arasinda oldukca giiclii bir pozitif korelasyon oldugu vurgulanmaktadir. Sektorel
bazda ele alindiginda her bagvurunun satiglarda 20 milyon TL artisa, ihracatta ise 9000

dolarlik artisa neden oldugu ifade edilmektedir (Saatgioglu, 2013).

Sekil 4.3 ve Sekil 4.4’ten de anlasilacag: lizere calismadaki yillara ait patent bagvuru

sayilariyla iligki kurulan ihracat ve satig trendlerinin seyri agikca goriilmektedir.
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Sekil 4.3 : Patent basvuru sayisi ve satig iligkisi
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Sekil 4.4 : Patent bagvuru sayis1 ve ihracat iligkisi.

Soylu (2016) tarafindan yapilan beyaz esya sektoriinde patentlerle ilgili bir sunumda
ornek vaka incelenmekte ve beyaz esya sektoriine dair birtakim dinamiklerden
bahsedilmektedir. Sektdr 6zelinde yer alan firin kapt cami sogutmasina dair teknik
¢cozlmleri korumaya calisan {i¢ ornek firma goriilmektedir. Temsili A, B ve C
firmasina ait stratejiler ve buna bagli olusabilecek ihtimallere yer verilmektedir.
Agresif bir patent stratejisi izleyerek yogun patentleme aktivitesine sahip A firmasi,
biit¢e sinirlamasi nedeniyle stratejik buluslari patentleyen B firmasi ve savunmaci bir
patent stratejisine sahip ve patent izleme yoluyla iiriin gelistiren C firmasi ele
almmaktadir. C firmasina bagli ar-ge yoneticisinin A firmasinin yogun patent
baskisindan dolay1 alternatif tasarim arayislart  ve stirekli rakip {irlin
izlemesi(benchmark) yapilarak patent ihlalinden kaginma durumu anlatilmaktadir. B
firmasmin kullanilmayan patent ¢dziimleri de bulunmaktadir. Ug farkli firmanm firm
kapis1 iizerinde sicaklik standartlarini saglama anlagsmalarindan dolayr her firma
biitgesi dahilinde (kisitl veya genis) yeni standartlar uyarinca yillara yayilan bir patent
stratejisi izlemektedir. Yeni konseptlerin gelistirilmesi sonucunda A firmasinin
teknigin bilinen durumunda yer alan ¢6zlimii agsmak i¢cin 20 milyon Euro yatirim
yapilmasi ihtiyac1 vurgulanmaktadir. Ozetle, rekabetin yogun olarak yasandig1 beyaz
esya sektoriinde patent portfoy yonetiminde rakipleri izleme ve stratejik davranmanin
ne derece onemli oldugu ifade edilmekte ve ar-ge, kalite ve fikri haklar departmanin

aktif patent izleme gerekliligi ortaya konmaktadir.

Bir diger beyaz esya sektoriinde patent konulu arastirmada basta beyaz esya
sektoriinde kullanilmak tizere patent aile biiylikliigili, bulusgu sayisi, teknoloji sinif

say1st, riichan iilkesi ve vekil bulup bulunmamasi kriterlerine gore yapay sinir agt
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modellemesi kullanilarak tescil kararini tahmin etmeye yonelik dinamik bir 6grenme
onerilmektedir. Sekil 4.5 bu calismada tescil karar1 siireci igin en uygun bulunan

modeli gostermektedir.

Patent Aile Sayisi
Buluggu Sayisi

Teknoloji Simifi

Sayis Tescil Karan

Riighan Ulkesi
(23 diigiim)

Vekil bulunup
bulunmamas

Sekil 4.5 : Destek vektor makineleri ile patent bagvuru ag modellemesi.

Yukaridaki 6rnek semada gorildigi tlizere farkli kriterlerin birbirine etkileri de
incelenerek karar agaglar1 olusturulmak istenmektedir. Sonug olarak klasik istatiksel
modeller yerine yeni kriterlerin de eklenebilecegi makine 6grenmesine yakin bir
modelle patent tescilinin alinma ihtimalini destek vektor makineleri ile 6ngdérme
saglanmaktadir. Bu sayede firmalarin maliyet optimizasyonu saglayacagi da

eklenmektedir (Ercan, 2011).

Bu farkli ¢aligmalar Tiirkiye’de beyaz esya sektoriiniin dinamiklerini patent {izerinden
anlamaya ¢alismasi acisindan degerli goriilmekte ve cogunlukla beyaz esya sektoriinde
patentin kalite Kriterleri disindaki farkli boyutlarini ele almaktadirlar. Tiirkiye’de
patent faaliyetlerinde baskin bir sekilde rol alan beyaz esya sektoriiyle ilgili rastlanan
caligmalar bunlarla sinirli olup beyaz esya sektoriiniin patent ve patent niteligine iliskin

daha fazla arastirma ihtiyaci oldugu asikardir.

4.4. Beyaz Esya Sektoriinde Avrupa Patentleri

Her sektorde oldugu gibi beyaz esya sektoriinde katma deger yaratan patentler
olusturarak rakiplerin pazardaki yenilik¢i algisint kisitlamak ve tasarim konusunda
alternatiflerini azaltarak pazar payi elde etmek olduk¢a onemlidir. Bu caligmada
Avrupa korumasi i¢in beyaz esya sektoriinde genellikle tercih edilen Avrupa Patent
Ofisi (EPO) patent tescilleri (B dokiimanlar1) incelenecektir. Tiirkiye’deki koklii beyaz
esya imalat sanayi igin de hayati dneme sahip EP tescilleri, Tiirkiye’nin beyaz esya

thracatinin dortte iiclinlin Avrupa’ya yapildigi disiiniildiigiinde daha da anlam
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kazanmaktadir. Tiim Avrupa pazarma iiretim yapan firmalar i¢in diisiik maliyetli
seceneklerden biri olan EP patentleri sayesinde Avrupa’nin 38 iilkesinde koruma
saglanabilmekte ve dogrudan iilke patent ofislerinden hem biirokratik islem yiiki
azaltilmakta hem de birg¢ok iilkede daha hizli tescil alabilme durumu olusmaktadir.
Ozellikle her bir Griin grubu 6zelinde patent portfoy analizleri yapilmasi ve her iiriin
grubunun kendine 6zgii patent karakteristiklerinin literatiirde yer alan ¢alismalarla da

desteklenmesi gerekmektedir.

IPC kodlart tizerinden olusturulan bu degerlendirmelerde ana iirlin gruplarini kapsayan

Cizelge 4.2°deki smiflar kullanilacaktir.

Cizelge 4.2 : Beyaz egya iiriin grubu ve IPC karsiliklar.

Uriin IPC IPC kodu agiklamasi
kodu
Buzdolab1 F25D Buzdolaplari; Soguk Odalar, Buz Kutulari; Bagka
Bir Alt Sinifin Kapsamadig1 Sogutma veya Donma
Aparati

Bulasik Makinesi | A47L15 Yemek takimlar ve sofra takimlari i¢in yikama
veya durulama makineleri
Yikayici/Kurutucu | DO6F Camasir Yikama, Kurutma, Utii, Presleme veya
Katlama Tekstil Uriinleri

Firin F24C  Diger Ev Ocaklari veya Cesitleri; Genel Uygulama
Ev Tipi Ocak veya Firin Detaylari

Beyaz esya sektoriinde en ¢ok patent bagvuru sahipleri genellikle farkli kitalarda
koruma talep ettiginden dolay1 cogunlukla neredeyse tiim diinya tilkelerinde gegerli
basvuru yolu olan PCT bagvurusu kullanarak arastirma raporu ile beraber EPO’da
tescil siirecine devam etmektedir. Dolayisiyla bu calismada EPO patent bagvuru
numarast ile ulasilan basvuru sayilari yaniltict olabilecegi i¢in patent basvuru
yaymi(A) dokiimanlar1 veya patent tescil yaymi(B) dokiimanlar1 degerlendirilmeye
alimmaktadir. Kullanilacak verilerde 2005-2015 yillar1 arasinda firma ayirt etmeksizin
EPO {izerinden patent tescil veya bagvuru faaliyetleri dikkate alinmaktadir. Asagida
yer alan tiim istatistiki veriler Amerika menseli Clarivate sirketinin Ucretli patent veri

tabani olan Derwent Innovations sitesinden elde edilmistir.

Sekil 4.6’da ana firiin gruplarini ifade eden teknoloji siniflarina ait EPO {izerinden
beyaz esya patent bagvuru ve tescil yayinlari ile tiim teknoloji siniflar1 (IPC) bagvuru
ve tescil yayinlar1 karsilastirilmaktadir. Daha 6nce de ifade edildigi iizere 2005-2015
yillar1 arasindaki patent yayinlari incelendiginde beyaz esya ana iiriin gruplart tiim

bagvurular igerisinde %2.16 paya sahipken tiim tesciller igerisinde %1.05 paya sahip
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gorinmektedir. Bu farkin olasi sebepleri olarak beyaz esya sektoriiniin en koklii
teknolojilerden biri oldugundan dolay1 teknolojik doygunlugunun artmasi ve teknigin
bilinen durumunun ¢ok genislemesiyle basvurularda patentlenebilirlik kriterlerinin

diger patent bagvurularina kiyasla daha zor karsilanabilmesi gosterilebilir.
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Sekil 4.6 : 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esya ve toplam EP bagvuru ve tescil sayilari.

2005- 2015 yillarinda EPO iizerinden yapilan bagvuru ve tescillere ait verilere bagh
yukaridaki grafik bu zaman diliminde yapilan beyaz esya ana iiriin gruplarinda 15.937
tekil bagvuru yaymi listelenmekte ve bu donemde 6.393 patent tescilinin alindig:
bilinmektedir. Patent bagvuru sahipleri iginde BSH firmas1 hem bagvuruda hem de
tescil sayisinda lider durumdadir ve tiim beyaz esya sektoriindeki genel oraninin (%40)
altinda kalarak yaklasik %37 tescil/bagvuru oranina sahip goziikmektedir. Argelik
firmas1 da bu donemde %49’luk bir tescil oran1 yakalayarak en ¢ok basvuru ve tescil
sahipleri igerisindeki en yuksek orana sahip goziikmektedir. Sekil 4.7°de bu durum

gorulebilmektedir.
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Sekil 4.7 : 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esyada en ¢ok EP bagvuru ve tescil
sahipleri.

Sekil 4.8’de yillara gore patent bagvuru ve tescil trendine bakildiginda patent bagvuru
sayilar1 neredeyse 1300 ve 1600 arasinda duragan bir ¢izgi izlemesine ragmen tescil
sayilar1 gorece yiikselmekte ve bagvurularin 2005 yilinda patente doniismesi %35

civarlarinda iken 2015 yilinda %58 seviyelerine gelmektedir.
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Sekil 4.8 : 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esyada yillara gore EP bagvuru ve tescil
sayilari

Sekil 4.9°da goriilebilecegi tizere IPC siniflarina gore ayristirildiginda ise hem bagvuru
hem tescil tarafinda yikayicr/kurutucu alaninda en fazla hareketlilik gézlenmektedir.
Tescil/Bagvuru  oranlarina  bakildiginda 1ise %49 yikayicv/kurutucu, %29
buzdolabi, %36 firin, %50 ile bulasik makinesi goz ¢carpmaktadir.

92



7000

6000
»n 5000
o)
& 4000
c
(% 3000
> 2000
1 s s
0
DO6F F25D F24C A4TL
IPC kodu

mBasvuru mTescil

Sekil 4.9 : 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esyada IPC kodlarina gore EP bagvuru ve
tescil sayilart.

Buzdolab1 alaninda teknigin bilinen durumunun oldukg¢a genisledigi ve bulasik,
yikayicr/kurutucu alanlarinda ise teknigin bilinen durumunun heniiz doygunluga
ulasmadig1 ¢ikarimi yapilabilmektedir. Bu durum Cizelge 4.3’te 2005-2015 arasi
donemde ana driin gruplarinda goreceli olarak hem bagvuru paylart hem de tescil
paylari igerisinde de kismen goriilebilmektedir. Firin ve Buzdolabinin tescil i¢indeki
pay1 azalirken diger iki {iriin grubunda artis mevcuttur.

Cizelge 4.3 :2005-2015 yillari arasi ana tiriinlerin birbirine gére EP bagvuru ve
tescil paylart.

Uriin Toplam Basvuru Igindeki Pay1 Toplam Tescil I¢indeki Pay1
Yikayici/Kurutucu %36 %41
Buzdolab1 %30 %22
Firn %21 %18
Bulasik Makinesi %15 %19

Sekil 4.10°da gortilebilecegi iizere, 6zellikle patent bagvurularinda 6ncii veri olarak
kullanilan bagka patentler tarafindan alintilanma (ileri atif) oranlarinda BSH %40 ile
en fazla patent bagvurulart alintilanan firma olurken Tiirkiye’den Argelik altinci en
fazla ileri atif sayisina sahip ve %9 alintilanma ile yer almaktadir. Sektorel agidan

patent basvurulari ve tescilleri ile Ortiisen bir grafik gézlenmektedir.

93



= BSH

= LG ELECTRONICS

A

= ELECTROLUX
SAMSUNG
ELECTRONICS
= WHIRLPOOL

= ARCELIK

Sekil 4.10 : 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esyada basvuru sahiplerine gore ileri atif
siklig1.

4.4.1. Buzdolabi
Buzdolab1(F25D) kategorisinde 2005-2015 yillar1 arasinda yapilan 5424 patent
bagvurusu arasindan 1577 tescil yayinina rastlanmakta ve yaklasik %29 tescil oranina
sahip bulunmaktadir. Sekil 4.11°de goriilecegi tizere, en ¢ok patent tescili alan firma
305 patentle BSH firmasi tiim tescillerin yaklasik %20’sine sahiptir. Ote yandan,

Arcelik A.S ise 90 patentle (%6) en fazla tescil alan ikinci firma konumundadir.
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Sekil 4.11 : 2005-2015 yillar1 aras1 buzdolab1 kategorisinde en ¢ok EP tescil
sahipleri.

Sekil 4.12°de goriilebilen patent tescil sayilar1 2005-2015 aras1 asagi dogru duragan
bir seyir izlemektedir ve 140 ile 170 arasinda degisen sayilarda patent tescil yayini

bulunmaktadir.
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Sekil 4.12 : 2005-2015 yillar1 aras1 buzdolabi kategorisinde yillara gore tescil
sayilari.

Sekil 4.13’te gorsellestirilen patent tescillerinde ileri atif sikligi(frekansi) goreceli
olarak en yiiksek firmalarin dagilimimda BSH firmasinin buzdolabi simifindaki
teknoloji ilerlemelerinde dominant bicimde onciiliik gosterdigine dair kanitlar

bulundugu soylenebilmektedir.
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Sekil 4.13 : 2005-2015 yillar1 aras1 buzdolabi kategorisinde bagvuru sahiplerine gore
ileri atif siklig1.

4.4.2. Firmn
Firin(F24C) kategorisinde 2005-2015 yillar1 arasinda yapilan 3883 patent bagvurusu
arasindan 1331 tescil yayimina rastlanarak yaklasik %34 tescil oranina sahip
bulunmaktadir. Sekil 4.14’te goriilecegi lizere, en ¢ok patent tescili alan firma 252

patentle BSH firmasidir ve tiim tescillerin yaklasik %19’una sahiptir. Ote yandan,
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Arcelik A.S ise 39 patentle (tiim tescillerin %3°{) en fazla tescil alan altinci firma

konumundadir.
300 252
& 250
((,,>; 200
= 150 107 105 94
@ 100
" -
o H m
& % I S N &
© Y NN N > <&
X & &® & ¥
2N & &
Q \/C;o 4

Basvuru Sahipleri

Sekil 4.14 : 2005-2015 yillar1 arasi firin kategorisinde en ¢ok EP tescil sahipleri.

Sekil 4.15°te goriilecegi tizere trend olarak hafif yukar1 yonlii bir artigta olan patent
tescilleri 6zellikle 2012 ile 2015 yillar1 aras1 yaklasik ikiye katlanmigtir.
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Sekil 4.15 : 2005-2015 yillar1 aras: firin kategorisinde yillara gore EP tescil sayilari.

Sekil 4.16°da gorsellestirilen patent tescillerinde ileri atif sikligi(frekans1) goreceli
olarak en yuksek firmalarin dagiliminda BSH firmasmin firmn smifindaki teknoloji
ilerlemelerinde en yakin rakiplerinin neredeyse iki kati alintilandig1 ve 6ncii oldugu

soylenilebilmektedir.
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Sekil 4.16 : 2005-2015 yillar1 arasi firin kategorisinde basvuru sahiplerine goére EP
ileri atif siklig1.

4.4.3. Yikayic1/ Kurutucu
Yikayic/Kurutucu(DO6F) kategorisinde 2005-2015 yillar1 arasinda yapilan 6430
patent bagvurusu arasindan 3022 tescil yayini rastlanarak yaklasik %47 tescil oranina
sahip bulunmaktadir. Sekil 4.17’ye bakilirsa en gok patent tescili alan firma 501
patentle BSH firmas1 tiim tescillerin yaklasik %19’una sahiptir. Ote yandan, Argelik

A.S ise 149 patentle (%5) en fazla tescil alan besinci firma konumundadir.
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Sekil 4.17 : 2005-2015 yillart aras1 yikayicr/kurutucu kategorisinde en ¢cok EP tescil
sahipleri.

Sekil 4.18’de goriilecegi tizere trend olarak 2005 yilindan 2015°e kadar neredeyse 3

katina ¢ikan patent tescilleri 2012 yilindan sonra duragan seyretmektedir.
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Sekil 4.18 : 2005-2015 yillar1 aras1 yikayici/kurutucu kategorisinde yillara gore EP
tescil sayilart.

Sekil 4.19°da gorsellestirilen patent tescillerinde ileri atif sikligi(frekans1) goreceli
olarak en yiiksek firmalarin dagiliminda BSH firmasinin yikayici/kurutucu sinifindaki
teknolojik ilerlemede diger ana {irlinlere kiyasla Onciiliik gdstergesinin bir miktar

diistiigli ve birbirine yakin ytlizdelerin gézlendigi sOylenilebilmektedir.
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Sekil 4.19 : 2005-2015 yillart aras1 yikayici/kurutucu kategorisinde bagvuru
sahiplerine gore EP ileri atif sikligi.

4.4.4. Bulasik Makinesi
Bulasik Makinesi(A47L15) kategorisinde 2005-2015 yillar1 arasinda yapilan 2735
patent bagvurusu arasindan 1385 tescil yaymnina rastlanarak yaklasik %51 tescil
oranina sahip bulunmaktadir. Sekil 4.17°ye bakildiginda en ¢ok patent tescili alan
firma 323 patentle BSH firmasi tiim tescillerin yaklasik %31 ine sahiptir. Ote yandan,

Arcelik A.S ise 93 patentle (%7) en fazla tescil alan besinci firma konumundadir.
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Sekil 4.20 : 2005-2015 yillar1 aras1 bulagik makinesi kategorisinde en ¢ok EP tescil
sahipleri.

Sekil 4.21°de goriilecegi iizere trend olarak oldukga yliksek bir artis seyrine sahip
tesciller 2005’te 2015’¢ kadar nerdeyse 3 katina ¢ikmistir. 2012°den sonra

duraganlasma olmasina ragmen artis trendinin agik sekilde devam ettigi s6ylenilebilir.
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Sekil 4.21 : 2005-2015 yillar1 aras1 bulasik makinesi kategorisinde yillara gore EP
tescil sayilart.

Sekil 4.22°de gorsellestirilen patent tescillerinde ileri atif sikligi(frekans1) goreceli
olarak en yiiksek firmalarin dagiliminda BSH firmasinin bulasik makinesi sinifindaki
teknolojik ilerlemede rekabette bulundugu diger firmalarin tekil olarak yaklasik 3 kati
seviyesinde alintilanarak buzdolab1 kategorisi ile birlikte en dominant 6zellik

gosterdigi liriin grubu olarak géze ¢arpmaktadir.
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Sekil 4.22 : 2005-2015 yillar aras1 bulasik makinesi kategorisinde basgvuru
sahiplerine gore EP ileri atif siklig.

4.5. Avrupa Patentleri ve Objektif Kriterler

Yukarida yer alan grafikler 1s18inda EPO tarafindan tescil alan patentler Avrupa’da
beyaz esya sektorii rekabeti igerisinde onemli bir yer tutmakta ve yogun bir rekabete
imkan saglamaktadir. Daha 6nce de deginildigi lizere beyaz esya sektoriiniin kendine
ozgii Ozelliklerinin olmasi ve patente dair bilgilerin genellikle ireticiler tarafinda
mahrem bilgiler olarak tutulmasindan dolay1 patent kalitesi ve degeri tam anlamiyla
anlagilamamaktadir. EPO tescilleri kapsaminda da bir¢ok patent ihlal, itiraz ve lisans
anlagmasi1 konular genellikle halka acik olarak yapilmamakta ve sirketlerin ¢ikarlari
dogrultusunda bir kisminda gizlilik anlasmasi imzalayarak uzlasma saglanmakta, bir
kism1 maliyet kisitlarindan dolay1 geri ¢ekilmekte, bir kismi centilmenlik anlagmasi
teskil eden is iliskilerinin bozulabilecegi gerekgesiyle takip edilmemektedir. Halka
acik olarak en kolay ulasilabilen veri olan EPO nezdinde itiraz bagvurusunda bulunma
dahi birtakim firmalar aras1 1yi iliskiler veya biitce kisitlar1 dolayisiyla
yapilmayabilmektedir. Dolayisiyla beyaz esya sektorii iginde kurum i¢i yapilan bir¢ok
degerlendirme ticari sir olmasi geregi halka agik bir sekilde bilinmediginden ger¢ek
ihlal, itiraz veya lisans verileri alinamamakta ve bu da dogrudan yapilan analizlerin
giivenilirligini ve hassasiyetini diisiirmektedir. Beyaz esya sektoriinde yer alan
firmalarin patent portfoy yonetimine dair bir fikir ileri siirebilmek ancak rekabetteki

ana rakiplerle tiim uyusmazlik konulariin bilinmesiyle mumkun hale gelecektir.

Bu ¢alisma 6zelinde dikkat edilmesi gereken husus yogun patentleme faaliyetlerinin
sonucunda ortaya ¢ikan halka agik uyugsmazIlik konularindan hareketle patent kalite
kriterlerine dair ne gibi veriler elde edilebildigidir. Bu kapsamda dnceki bolimlerde

ele alan patent kalite kriterlerinden verilerine ulasilabilir kriterlerin iirlin gruplari
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gozetilerek tiim tescillerin, itiraza ugrayan tescillerin, beyaz esya rekabetinde yer alan
Tiirkiye genelinde en genis EP tescil portfoyiine sahip Tiirk menseli Argelik firmasi
tescillerinin ve Avrupa genelinde en genis EP tescil portfoyiine sahip Alman menseli
BSH firmasi tescillerinin ortalama degerleri incelenmektedir. Asagida yer alan Cizelge
4.4, Cizelge 4.5, Cizelge 4.6 ve Cizelge 4.7°de EPO veri tabani vasitasiyla daha 6nce
de belirtildigi iizere buzdolabi, bulasik makinesi, yikayici/kurutucu ve firin Urin
grubuna bagl IPC kodlarinda 2005-2015 yillar1 arasinda EP tescilleri iizerinde gerekli
hesaplamalar yapilarak sektoriin ulasilabilir objektif kriterler acisindan genel bir
tablosu ortaya konmaktadir. Ozellikle belirtilen teknoloji simiflar1 toplaminda EPO
izerinden yapilan 2005-2015 arasi itiraz oran1 yaklasik %7 olarak ger¢eklesmekte ve
tiim teknoloji siniflarindan(%4) yaklasik iki kat yiiksek bir orana sahip oldugu tespit
edilmektedir. Bu durum beyaz esya sektoriiniin ana iirlin gruplarinda yer alan
firmalarin yogun rekabetinden dolay1 olusan genis fikri haklar portfdyleri ve yiiksek
patent korumasi farkindaligiyla aciklanabilmektedir. Firmalar hem gii¢lii mali yapis1
hem de yuksek ar-ge harcamalari sebebiyle patent itirazlar1 konusunda geri kalan
sektorlere oranla ¢ok daha proaktif davranmaktadirlar. Olusan bu fiili durum itiraz

gecirmis patentlerin 6nemini beyaz esya sektoriinde bir kat daha artirmaktadir.

Objektif kriterlerin hem itiraz hem firma bazinda genel bir tablosunu ortaya koyan
sirastyla buzdolabi, firin, yikayici/kurutucu ve bulasik makinesine ait Cizelge 4.4,
Cizelge 4.5, Cizelge 4.6 ve Cizelge 4.7°ye genel olarak bakildiginda tim Grin
gruplarinda ortaklagan ve ayrisan bazi 6zellikler bulundugu séylenebilir. Bunlar ilk
bakista tlim {irlin gruplarinda goriilen ve literatlirle de uyusma gosteren benzer
noktalardir. Ozellikle literatiirde itiraz konu olan patentlerin degerli sayildiklari
gorlisiinden yola cikarak istem sayisi, tescile kadar gegen siire, ileri atif ve geri atif
say1st, teknoloji siif genigligi kriterlerinde itiraza ugramis tesciller tiim tescillerin
ortalamasima kiyasla yiiksek olarak gdzlemlenmektedir. Ik istem kelime sayisin da
literatlirle uyusan sekilde itiraza konu patentlerde belirgin olarak diisiik ¢gikmaktadir.
Tek ortiismezlik firin iiriin grubunda teknoloji smif genisliginin ve tescile siiresinin
itiraz gecirmis patentler i¢in tiim tescillere kiyasla diisiik olmasidir. Tiim iiriin gruplari
icin itiraz sonras1 gegerliligini koruyan (daralan veya degismeyen) patent verilerine
bakildiginda ise carpici bir degisiklik gdzlenmemekte ve itiraz gegirmis patentlerle

oldukca benzer karakteristik ¢izmekte olduklari fark edilmektedir.
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BSH ve Arcelik firmalarini kiyaslayacak olursak BSH firmasi ana {iriin gruplarinin
hepsi diisiiniildiigiinde tiim tescillerin ve Argelik’in iizerinde bir itiraz oranina sahip
olmakla beraber itiraza ugramis patentlerle her bir kriter anlaminda daha cok

benzesmektedir.

Sonug olarak, bu verilerin ne kadar anlamli olduguna dair istatistiksel bir ¢alisma
ihtiyaci duyulmakta, dolayisiyla asagida yer alan objektif kriterlerin beklendigi 6l¢iide
anlamli olup olmadigi bu c¢aligmanin arastirma kisminda metodolojik olarak

sorgulanmaktadir.
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Cizelge 4.4: 2005-2015 yillar1 aras1 buzdolabi kategorisi EP tescilli patentler kalite verileri.

Patent Ortalama  Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama  Ortalama  Ortalama Qrtqlama
. Tescil/Basvuru . . ) o Itiraz IPC IPC Alt IPC Alt  Ilk Istem
Smif | Tescil Tescil Istem Geri Auf Ileri Auf vy ;
Orani . Oran1  BOlUm siif grup Kelime
Sayisi Stiresi(y1l) Sayisi Sayisi Sayisi
sayisl sayisl sayisl Sayisi
TTe ‘;rg:l 1565 %29 5.30 115 6 035 %47 177 2.46 3.96 174
Itiraz 74 - 5.53 134 7 0.50 - 1.78 2.7 4.63 150
Itiraz
Sonrast 54 - 5.50 13.6 7.4 0.55 - 1.65 2.48 4.15 158
Gegerli
Arcelik 90 %43 4.3 7.3 4 0.25 %3.3 1.38 1.6 2.3 202
BSH 305 - 5.1 10.8 4.8 0.20 %5.6 1.42 1.72 2.5 128
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Cizelge 4.5: 2005-2015 yillar1 arasi firin kategorisi EP tescilli patentler kalite verileri.

Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama

Patent : Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama .. -
Sinif Tescil Tescil/Basvuru Tescil Istem Geri Atif  Ileri Atif ltiraz I..P C IPCAIt IPCAIt Il Istem
Orani . Oram1  BOlUm siif grup Kelime
Sayisi Stiresi(yil)  Sayisi Sayis1 Sayisi
sayist sayist sayist Sayisi
Tum Tescil | 1323 %36 531 115 5.7 0.30 %3.8 1.76 2.08 3.07 177
Itiraz 90 - 5.03 12.9 8.2 0.68 - 1.68 2.00 2.93 153
Itiraz
Sonrasi 75 - 4.77 12.1 8.5 0.72 - 1.65 1.95 2.81 152
Gegerli
Arcelik 38 %31 4.90 6.7 51 0.26 %2.7 1.48 1.69 2.23 227
BSH 249 - 5.62 10.9 5.1 0.20 %9.2 1.61 1.88 2.44 126
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Cizelge 4.6: 2005-2015 yillar1 aras1 yikayici/kurutucu kategorisi EP tescilli patentler kalite verileri.

Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama
Patent . ccil/Bagvury ~ Onalama - Ortalama - Ortalama — Ortalama .~ “\oc |pcAlt  IPCAlt Ik stem
Siif | Tescil Tescil Istem Geri Atf  Ileri Atif vy .
Orani . Oram1  Bolim siif grup Kelime
Sayisi Stiresi(y1l) Sayisi Sayisi Sayisi
Sayis1 Sayis1 Sayis1 Say131
.I-_rel;rgl 3019 %48 4.45 11.6 5.2 0.41 %8.2 1.45 1.56 2.69 174
Itiraz 197 - 4.80 13.7 7.0 0.86 - 1.56 1.68 2.98 148
Itiraz
Sonrasi | 161 - 4.80 13.7 7.2 0.87 - 1.54 1.66 2.85 151
Gegerli
Arcelik | 144 %58 4.10 7.4 4.0 0.5 %3.3 1.30 1.34 2.02 188
BSH 493 - 4.3 11.1 0.5 4.8 %6.7 1.46 1.53 2.24 145
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Cizelge 4.7: 2005-2015 yillar1 aras1 bulasik makinesi kategorisi EP tescilli patentler kalite verileri.

Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama
Patent 1 ccil/Bagvury  Oralama - Ortalama - Ortalama — Ortalama .~ “\oc"  |pcAlt  IPCAlt Ik stem
Siif | Tescil Tescil Istem Geri Attf  Ileri Atf vy .
Orani . Oram1  Bolim siif grup Kelime
Sayis1 Siiresi(y1l) Sayis1 Sayis1 Sayis1
Sayis1 Sayis1 Sayis1 Say131
.I-_rel;rg;l 1379 %50 4.80 11.3 5.4 0.45 %12.2 1.65 1.78 2.60 165
Itiraz 144 - 5.10 12.7 8.0 0.62 - 1.76 1.95 3.82 146
Itiraz
Sonrasi | 120 - 5.10 12.6 8.3 0.60 - 1.76 196 4.05 149
Gegerli
Arcelik | 90 %64 4.40 7.6 4.5 0.40 %7.8 1.40 1.48 1.84 163
BSH 321 - 5.40 12.0 5.2 0.40 %15.0 1.61 1.68 2.26 126




5. BAGIMSIZ ORNEKLEM TESTIiYLE PATENT KALIiTE KRIiTERLERI
DEGERLENDIRMESi UZERINE BiR UYGULAMA

Bu boliimde yapilacak arastirmanin neyi amacladigi, hangi 6rneklemi ele alacagi, veri
elde etme ve arastirma metodolojisi, arastirmanin sinirliliklart gézetilerek kurulan
hipotezlerin uygun gérulen metodoloji ile test edilmesi ve sonuglarin tartisilmasi konu

edilmektedir.

5.1. Arastrmanin Amaci ve Onemi

Gilinlimiizde biiyiik 6l¢ekli firmalarin stratejik kararlari patent portfoyl olusturmak ve
portfoyde tutacaklar1 veya terk edecekleri patentleri belirlemeye, patent
basvurularinda  maliyet optimizasyonu saglamalarina, kendi patentlerini
ticarilestirmelerine  veya rekabette  bulunduklar1  firmalarin  portfdylerini
degerlendirmeye dayanabilmektedir. Dolayisiyla, patentlerin degerleme ¢alismalari

tUm firmalar i¢in artarak 6nem kazanmaktadir.

Patent degerlemesinde patentin ekonomik degerinin disindaki gostergelere dayanan ve
kisaca patent kalite kriterleri olarak adlandirabilecegimiz gostergeler konusunda pek
cok farkli gorlis bulunmaktadir. Bunun baslica sebebi ise patenti nitel olarak
degerlendirmenin dogas geregi siibjektif ve zor olmasidir. Ozellikle patent portfoyleri
icerisinde yer alan tescilli patentler icin nitel bir siralamaya veya Onceliklendirmeye
ihtiyag duyuldugu asikardir. Hem rekabet halinde olunan firmalar hem de patent
otoriteleri i¢in patent tescillerinin ne derecede nitelikli oldugunu derecelendirmek bir
baska deyisle kalitesini 6lgmek icin birgok nitel degerlendirme kriteri literatiir
boliimiinde detayl olarak agiklanmakta ve farkli goriislere yer verilmektedir. Yapilan
caligmalardan ¢ikarilabilecek sonuglardan ilki her teknoloji sinifi, sirket veya iirliniin
kendi karakteristigi oldugu yani standart bir patent kalite degerlendirmesi
yapilamayacagidir. Ikinci bir sonug ise kriterleri dlgerken kullanilan veri setlerinin
patent devri, lisanslama bedelleri veya uzman goriisii gibi oldukga farkli dinamiklere
dayandirildig1 kisacas1 patent kalitesi konusunda {izerinde uzlasilmig bir kalite

gostergesi olmadigi durumudur. Ugiincii ve son olarak da patentlerin korundugu
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cografyalar ve korundugu siireler bakimindan zamana bagli degiskenlik gosteren
degerlerinden dolay1 dinamik bir degerleme ihtiyacinin oldugu ve giliniimiiz i¢in higbir

degerlemenin mutlak bir patent kalite verisi ortaya ¢ikaramayacagidir.

Paten kalitesiyle ilgili hemen her arasgtirma kendi gosterge ve veri grubunu bir
nedensellik igerisinde incelemektedir. Bu ¢alismada ise sektdr olarak beyaz esya
secilmesinde Tirkiye’nin diinyanin en biiyiik ii¢ beyaz esya iireticisi tilkeden biri
konumuna gelmesi, patent ofisi olarak EPO verilerine dayanilmasinda ise Tiirkiye nin
beyaz esya ihracatinin dortte {iglinii Avrupa’ya yapmasi dnemli rol oynamaktadir.
Beyaz esya sektorii 6zelinde ana {iriin gruplar1 olarak gosterilen buzdolabi, bulasik
makinesi, firin ve yikayicv/kurutucu teknoloji siniflari i¢inde 2005-2015 yillar
arasinda Avrupa Patenti (EP) tescili alan patent dokiimanlar1 ve ayn1 donemde Avrupa
Patent Ofisi yoluyla itiraza ugramis patent dokiimanlar1 literatiirde yer alan patent
kalitesine iliskin birtakim kriterler agisindan istatiksel olarak incelenecektir. Bu
caligmanin amaci ise itiraza ugrayan patent tescillerinin degerli oldugu varsayimindan
yola ¢ikarak beyaz esya sektoriinde istem sayisi, ilk istem kelime sayisi, tescile kadar
gecen siire, ileri atif sayis1 ve teknolojik sinif genisligi acisindan itiraza ugrayan
tescillerin itiraz ugramayan tescillerden anlamli olarak ayrisip ayrismadigina yonelik
bir sonug ortaya koymaktir. Bu sonuglardan ve literatiirdeki dgretilerden yola ¢ikarak
beyaz esya sektoriinde patent kalitesine iliskin bir kalite modeli 6nerilmesi de

amaglanmaktadir.

Bu calismanin 6nemi beyaz esya sektorii rekabetinde yer alan patent tescillerinin
kalitesini 0lgmeye katkida bulunabilecegi ve firmalarin portfdy yonetiminde aktif
olarak faydalanabilecegi nitel degerlendirmeye dair anlamli iliskiler ortaya koymaktir.
Patent uzmanlarinin mantiksal veya sezgisel olarak ¢ikarimda bulundugu patent
belgesine ait kalite gostergelerinin istatistiksel olarak verilerle desteklenmesi
saglanabilecektir. Bu sayede benzer sektorlerde yapilacak benzer yontemlerle patentle
alakali uyusmazliklar1 degerli kabul eden bir varsayim sonucu patent Kalite
gostergeleri i¢in anlamli veya anlamsiz gostergeler tespit edilebilecektir. Dahasi, yeni
tescil almig patentlerin itiraza deger olup olmadig1 acisindan da bu ¢alismada yer alan
patent kalitesi kriterleri bir referans olusturacaktir. Son olarak, her gegen gin
uluslararasi rekabette daha fazla yer alan Tiirkiye mengeli beyaz esya iireticileri igin

yeni bir bakis acis1 kazandirilmasi da bu ¢alismanin hedefleri arasindadir.
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5.2. Arastirmanin Evreni ve Orneklemi

Arastirmanin evreni, teknoloji siniflart DO6F, A47L15, F25D ve F24C olarak gecen
IPC kodlarma sahip yikayici/kurutucu, bulagik makinesi, buzdolab1 ve firin iiriin
gruplarinda 2005-2015 yillar1 arasinda EPO tarafindan tescil edilmis ve B dokiimani
sinifina dahil tiim patent dokiimanlaridir. Orneklem olarak ise ayni zaman dilimi ve
teknoloji siniflart igerisinde yer alan ve EPO nezdinde tescilden sonraki 9 ay igerisinde
itiraza ugramis patent tescilleri se¢ilmistir. Hem arastirma evreni hem de arastirma
orneklemi birtakim kriterler bakimindan incelenerek anlamli sonuglar elde edilmeye

calisilacaktir.

5.3. Veri Toplama Ydntemi

Bu arastirmada kullanilan tiim analiz verileri EPO tarafindan halka agik olarak
erisilebilen bilgilerin derlendigi Derwent Innovation isimli iicretli patent veri
tabaninda IPC sinifi F25D, A47L, F24C ve DO6F olarak gecen beyaz esya ana iiriin
gruplart ile ilgili 2005-2015 aras1 gergeklesen Avrupa Patenti (EP) tescillerini ve ayni
zaman diliminde ve teknoloji siniflar1 iginde EPO’da itiraza ugramis patent tescillerini
temel almaktadir. Her iirlin grubu i¢in 4 farkli patent tescil dokiimii yapilmakta ve bu
tescillerin her birinin istem sayisi, ilk istem kelime sayisi, tescile siiresi, ileri atif sayisi

ve teknoloji sinif genisligi (IPC kodlar) gosterilmektedir.

5.4. Arastirmanin Metodolojisi

Arastirmada temel olarak itiraza ugramig ve itiraza ugramamis Avrupa patent
tescillerinin ~ ¢esitli  patent kalite gOstergeleri bakimindan kiyaslanmasi
amaclanmaktadir. Bagimsiz iki grubun (kadinlar ve erkekler gibi) ortalamalarinin
karsilagtirilmasi i¢in en uygun goriilen istatistik metodu bagimsiz 6rneklemler t-
testidir. Genellikle kontrol-deney gruplu deneysel ¢aligmalarda sik¢a tercih edilen bu
t-testi Sonucunda 2 grubun ortalamalart “bir miktar” farkli ¢ikacaktir. Bunun anlami
bu iki ortalama arasindaki farkin gergekte anlamli bir fark yaratacak biiytikliikte

oldugudur.

Tek yonlu (uq > pp) veya ¢ift yonlu (ug # pp) bicimde hipotez testleri kurulabilir. Eger
arastirmadaki amag gruplar arasinda yone bakilmaksizin fark bulmaya yonelik ise o
zaman cift yonlU t-testi, bir grubun digerinden fazla/az oldugu tespit edilmek

isteniyorsa tek yonli t-testi uygulanmalidir (Kalayci, 2010, s. 37).

Bu yontemin birtakim varsayimlari bulunmaktadir. Bunlar kisaca sdyle 6zetlenebilir:
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e Bagimli degiskenlere ait dlgiimler aralikli veya oranli 6lgekler ile toplanmistir
(Blyukoztirk, 2015, s. 39).

e Ortalama puanlar1 karsilastirilacak 6rneklemler iliskisizdir (Biiyiikoztiirk,
2015, s. 39). iki grubun verileri birbirinden bagimsiz olarak toplanmistir.

e Omeklemlerin alindif1 evrenlerin dagilimlarmin normal olmasidir. Bu
varsayim tiim parametrik testlerde bulunmaktadir. Bu varsayimin
saglanabilmesi i¢in en azindan ortalama farklarmin 6rneklem dagiliminin
normal dagilima uygun olmasi beklenir (Howell, 2008, s. 335). Genel kabul
olarak grup buydkliklerinin 30°u gegmesi durumunda merkezi limit teoremi
geregince dagilimin normallik gosterecegi iddia edilmektedir.

e Bagimsiz iki grubun verilerinin ortalamaya gore uzakligini(saginikligini) ifade
eden varyanslarinin homojen olmasi beklenmektedir. Varyanslarin homojen
olmas1 demek Orneklemi alinan evrenlerin varyanslarinin ayni veya benzer
olmasidir. Ayni sekilde, 6rneklemi alinan evrenlerin varyanslarinin birbirinden
cok farkli olmasi durumunda varyanslar homojen degildir yorumu yapilabilir
(Howell, 2008, s. 334). Alinan iki grubu evrenlerinin varyanslart ayni degilse
ne yapilmalidir? Eger bu iki varyanstan biri digerinin 4 katindan fazla degil ise
ve gruplarin Orneklem biiyiikliikleri esit veya esite yakin ise o zaman
varyanslarin homojenligi durumundaki gibi analiz yapilabilir. Aksi durumda
varyanslar1 toplanmis (pooled variance) olarak kabul etmeden bir test

yapilmasi1 gerekmektedir.

Hipotezlerin  olusturulma siirecinde yokluk hipotezi ve alternatif hipotez

onerilmektedir. (uq: 1. grubun ortalamasi, p,: 2. grubun ortalamast)

Yokluk hipotezi: Hy: py=p, veyaHO: py-pp =0

Alternatif hipotez; Hy: uy# 1z veya Hy: pq- iy #0

Bu caligmada yer alan kontrol ve deney gruplari olarak ise her bir {iriin grubu 6zelinde
itiraza ugramis ve ugramamis patent tescillerinin istem sayilari, ilk istem kelime sayist,
tescile kadar gecen siire, ileri atif sayisi, [PC boliim sayisi, [PC alt sinif sayisi, [PC alt
boliim sayist ortalamalari kiyaslanarak itiraza ugramis patentlerin literatiirde yer alan

kalite gostergelerini tasiyip tasimadigi yoniinde hipotezler kurularak anlamli bir kanit

bulunmaya ¢alisilacaktir. Ornegin, ortalama istem sayisinin itiraza ugramis patentlerde
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bir kalite gostergesi olarak itiraza ugramamis olanlardan daha yiliksek olmasi

beklenmektedir.

Bu calisma kapsaminda kurulacak olan hipotezlerde iki grup arasindaki ortalamalarda
az veya ¢ok olmasi tespit edilmek istendigi i¢in tek yonli (> py , 1< pp) t-testi
uygulanmasi amaglanmaktadir. Uygulanacak bagimsiz érneklem t-testlerinde kontrol
ve deney gruplarinin varyanslar1 arasinda anlamli bir fark olup olmadigin1 anlamak
icin literatiirde en yaygin olarak kullanilmakta olan homojen varyans testlerinden
Levene Testi kullanilacaktir. Bu testte her veri i¢in o verinin ortalama ile arasindaki
mutlak farki hesaplayarak bu farklar iizerinden tek yonlii varyans analizi yapilir. F-test
olarak da adlandirilan bu testte genel olarak amag¢ en basta belirlenen anlamlilik
seviyesi(a) ile kiyaslanan bir olasilik(p) degeri elde etmektir. P degeri en basit
anlamiyla, yokluk hipotezi dogru iken gbzlenen degerlere bagli hipotezin reddedilme
olasilig1 olarak tanimlanmaktadir. Eger p degeri anlamlilik seviyesinden blyik veya
esit olursa varyanslarin homojen dagildigina dair bir sonug ¢ikarken kiiciik oldugu
durumda homojen dagilmadigina dair bir sonu¢ ¢ikarilmaktadir. Homojen dagildig:
durumlarda homojen varyans varsayimiyla bagimsiz 6rneklem t-testi yapilirken aksi
halde homojen olmayan varyans varsayimiyla yani ilk durumun aksine tiim varyanslari

toplanmis(pooled) kabul etmeden bir bagimsiz 6rneklem t-testi yiritulecektir.

Homojen varyans varsayimiyla yapilan bagimsiz drneklem t-testi asamalar1 sirasiyla

sOyledir:

A ve B iki ayr1 veri grubu olmak iizere, hipotezimiz “A grubunun ortalamasi1 B
grubunun ortalamasindan biiyiik degildir” olsun (Hy: pa< pg). Alternatif hipotez ise

“A grubunun ortalamasi B grubunun ortalamasindan biiytiktiir” olsun (Ha: pa> pg).
1. Asama: Iki grubun ayr1 olarak toplami bulunur.

2. Asama: Gruplarin toplamlarinin karesi ayr1 olarak almir ((34)%, (3B)?).

3. Asama: Iki grubun da ortalamasi ayr1 olarak alinir. (uu, ug)

4. Asama: Her bir veri kendi grubu iginde karesi alinarak toplanir (Y42, ¥.B?)

5. Asama: (5.1)’deki formiil igerisinde hesaplanan degerler yerlerine yerlestirilir ve t

degeri hesaplanir.

111



WA — uB (5.1)

(za2 - TA 1 (5pe - LBV,

nA+ nB—Z

[t e

6. Asama: Serbestlik derecesi bulunur. (ns-1+ng-1)

7. Asama: Onceden belirlenmis ¢ - tablosu (izerinden serbestlik derecesinin ve

anlamlilik seviyesinin(a) karsilik geldigi kritik t degeri bulunur.

Asama: Hesaplanan t degeri ile kritik t;,;:ix Kiyaslanarak t degerinin ti,.;t; ten
biiylik oldugu durumda belirlenen aralik disinda kaldig1 ispatlanir ve alternatif hipotez
olan A grubunun ortalamasinin anlamli sekilde B grubunun ortalamasindan biiyiik
oldugu tespit edilir. Aksi halde, t degerinin ty,;; ten biliylik olmadigr durumda
yokluk hipotezi reddedilemez ve A grubunun ortalamasinin anlamli sekilde B

grubunun ortalamasindan biiyiik olduguna dair kanit olmadig1 soylenir.

Yukarida yer alan islemler sirasi ile arastirma kapsaminda belirlenen zaman dilimi ve
sinir1 igerisinde itiraza ugramis ve itiraza ugramamis patentlere ait kalite gdstergesi
veri gruplarinin ortalamalarinin t-testi sonucu anlamli derecede biiyiik veya anlamli

derece kii¢iik olma durumlar1 incelenecektir.

5.5. Arastirmanin Smirhhklar

Arastirmada yer alan kontrol ve deney gruplari agagidaki gibi siniflandirilmaktadir.

e Arastirmaya konu veri gruplar1 2005-2015 yillarinda Avrupa Patent Ofisinden
tescil alan ve B tiir koduna sahip (B1, B8, B9) patent dokiimanlar ile ilgilidir.
B2 dokiiman1 olarak gecen itiraz sonrasi degistirilerek tesciline devam eden
patentler degerlendirilmeye alinmamaktadir.

e Arastirmada herhangi bir sirket veya bagvuru sahibi ayrimi yapilmamaktadir.

e Kullanilan patent tescillerinin sadece istem sayisi, ilk istem kelime sayisi,
tescile kadar gegen siire, ileri atif sayisi, [IPC boliim sayisi, IPC alt sinif sayisi,
IPC alt boliim sayisi1 verileri ele alinmaktadir. Literatir boluminde gecen
korunan cografi bolge, patentin dmrii tiirtindeki diger veriler zamana bagh ¢ok
fazla degigkenlik gosterdigi ve patentin belgesinden kaynaklanmanin disinda

piyasa ve sirket 6zelinde belirlendigi i¢in degerlendirmeye alinmamaktadir.
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e Tiim veriler objektif olarak elde edilmekte ve giivenilirlik a¢isindan Avrupa
Patent Ofisi(espacenet.com) ve Derwent Innovation(derwentinnovation.com)

veri tabanindan alinan bilgiler kullanilarak 6rneklem olusturulmaktadir.

5.6. Verilerin Degerlendirilmesi

Bu calisma kapsaminda beyaz esya sektoriindeki ana iirlin gruplarina ait IPC siniflari
icerisinde 2005 ve 2015 yillari arast EPO tarafindan tescillenmis patentler incelenerek
itiraz gecirmis veya gecirmemis patent tescillerine ait bir takim sayisal kalite
kriterlerini veri grubu olarak kabul ederek literatiirde yer alan ve daha once farkli
teknoloji alanlarinda da degerleri ispatlanan kalitatif iligkiler beyaz esya sektorii igin
tespit edilmeye caligilacaktir. Asagida yer alan Cizelge 5.1°de incelemeye tabi tutulan

patent tescili sayilar1 verilmektedir.

Cizelge 5.1 : Uriin gruplarina gére siniflandirilan itiraza ugramis ve itiraza
ugramamis tescil sayilart.

Uriin Grubu Buzdolab1 Yikayici/Kurutucu Bulasik Firin
Makinesi
Itiraz Gegirmemis Tescil 1507 2823 1239 1248
Sayis1
Itiraz Gegirmis Tescil 94 197 144 90
Sayisi

Her iiriin grubu 6zelindeki itiraz gec¢irmis veya gecirmemis iki ayr1 patent grubuna
istem sayisi, ilk istem kelime sayisi, tescile kadar gecen siire, ileri atif sayisi, [PC
boliim sayisi, IPC alt simf sayisi, IPC alt boliim sayis1 verileri iizerinden varyansi
homojen kabul edilen bagimsiz 6rneklem t testi uygulanarak itiraz gecirmis patent
tescillerinin bu kriterlerle ilgili ortalama degerlerinin gegirmemis patent tescillerine
kiyasla literatiirde aciklanan egilimleri anlamli bicimde gosterip gostermedigi

degerlendirilecektir.

Teste tabi tutulan bu gruplar icerisinde tek yonli t-testi kullanilarak biiyiiklik ve
kiigtikliik iliskisi incelenecektir. Bagimsiz degisken olarak itiraza ugrayip ugramama,
bagimli degisken olaraksa belirlenen patent kalite kriterleri kabul edilecektir. Itiraz
gecirmis patentlerin literatlirdeki ogretiler dogrultusunda istem sayisi, tescile kadar
gecen siire, ileri atif sayisi, IPC boliim sayisi, IPC alt sinif sayisi, IPC alt boliim sayisi
degerlerinde itiraza ugrayanlar icin daha biiyiik ve ilk istem kelime sayis1 degerlerinde
itiraza ugrayanlar i¢in daha kiiciik degerler alma motivasyonuyla alternatif hipotezler

kurulacaktir.
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5.7. Hipotezler ve Analiz
Hipotezlerin test edilmesi i¢in 6ncelikle varyans homojenligine iliskin Levene Testleri
yapilacak ve sonrasinda bagimsiz oOrneklem t-testi ile birtakim bulgular ortaya

cikarilacaktir.

5.7.1. Levene Testi
Bu boliimde 28 ayr1 hipotez kurulacak ve bu hipotezlerin bagimsiz 6rneklem t-testi
gerceklestirilecektir. Bu agsamadan dnce her veri grubu i¢in varyans homojenliginin
testleri yapilarak hangi tiir bagimsiz 6rneklem t-testine uygun oldugu saptanmalidir.
Levene Testleri gerceklestirilen tiim veri gruplarina 6rnek olarak buzdolabi teknoloji
smifi igerisinden tescile kadar gegen siire ve ilk istem sayisina dair sonuglar Cizelge
5.2 ve Cizelge 5.3’te yer almaktadir. Tiim testlerde anlamlilik seviyesi 0,05 olarak

kabul edilmektedir(o=0.05).

Cizelge 5.2 : Buzdolabi kategorisi tescile kadar gegen siire Levene testi sonuglari.

Degigken 1  Degisken 2

Ortalama 5.297 5.500
Varyans 5.721 8.142
Gozlemler 1507 54
df 1506 53
F 0.703
P(F<=f) tek yon 0.026
F kritik tek yon 0.742

Cizelge 5.3 : Buzdolabi kategorisi ilk istem kelime sayis1 Levene testi sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 158.753 175.079
Varyans 6207.238  8381.895
Gozlemler 54 1504
df 53 1503
F 0.741

P(F<=f) tek yon 0.083
F Kkritik tek yon 0.700

Yukaridaki tablolarda yer alan p degerlerine bakilacak olursa tescile kadar gegen
stirenin p degeri 0.026 olarak gergeklesirken ilk istem kelime sayisinin 0.083 olarak
gergceklesmistir. Dolayisiyla ilk istem kelime sayis1 p degeri anlamlilik seviyesi olan
0.05’ten biiylik oldugu i¢in homojen varyans dagilimi gosterdigi kabul edilmekte,
tescile kadar gecen siire anlamlilik seviyesi 0.05’ten kiiciik oldugu i¢in homojen

varyans gosterdigi kabul edilmemektedir.
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Dolayisiyla iki veri grubu ig¢in farkli bagimsiz Orneklem testler uygulanmasi
gerekmektedir. Asagida yer alan Cizelge 5.4°te tUm veriler i¢in yapilan Levene Testi
p degerleri gosterilmekte ve 6nceden belirlenen anlamlilik seviyesi (a=0.05) dikkate
alindiginda yildiz ile isaretlenenlerin homojen varyans Ozelligi gosterdigi
vurgulanirken yildiz ile isaretlenmeyenlerin homojen varyans 6zelligi gostermedigi

vurgulanmaktadir.

Cizelge 5.4 : Tiim iriin gruplari ve kriterlerin Levene testi p degerleri.

Uriin Grubu Tescile Istem leri IPC IPC IPC Ik
Kadar Sayisi Auf  Bolum  Alt Alt Istem
Gegen Sire Sayis1  sayist  smif  grup  Kelime

sayist  sayist  Sayisi

Buzdolab: 0.026* 0.000*  0.042* 0.368 0.101 0.181 0.083
Firin 0.251 0.002* 0.000* 0.281 0.467 0.028* 0.000*
Yikayici/Kurutucu 0.313 0.000*  0.000* 0.003* 0.104 0.002* 0.000*
Bulasik Makinesi 0.255 0.000*  0.000* 0.050 0.020* 0.000* 0.236

Yukaridaki tablodan anlasilacagi iizere anlamli sonuglar almak adina hipotezlerin 12
tanesi homojen varyans varsayimi ile test edilirken 16 tanesi homojen olmayan

varyans varsayimi ile test edilecektir.

5.7.2. Bagmmsiz Orneklem Testleri
Yukarida belirtilen varyans dagilimlarina bakilarak tiim {riin gruplarinda bagimsiz
orneklem t-testleri yapilmaktadir. Cikt1 degerleri icerisinden “t” degeri ile “t kritik tek
yon” degeri karsilagtirilarak yokluk hipotezinin (H,) reddedilip reddedilemeyecegine
ve alternatif hipotezin (H,) kabul edilip edilmeyecegine dair ispat aranmaktadir.
Literatiir 6gretileri ve gozlemler dogrultusunda tiim tirlin gruplari i¢in istem sayist,
tescile kadar gecen siire, ileri atif sayisi, IPC boliim sayisi, IPC alt sinif sayisi, [PC alt
boliim sayist itiraz gegiren patentlerde gegirmeyenlere kiyasla daha yiiksek, ilk istem
kelime sayisinda ise daha diisiik oldugu hipotezleri iizerine kurulacaktir. Tiim testlerde
anlamlilik seviyesi 0,05 olarak kabul edilmektedir(o=0.05). Buzdolab1 kategorisine ait
bir homojen diger homojen olmayan varyansa sahip veri gruplarina iliskin iki ayri
yokluk hipotezi 6rnek olarak test edilecek ve sonuglara bakilarak anlamli olup
olmadiklar tespit edilecektir. Yapilacak tiim testlerde itiraz gegirmis patentlerin veri
grubu “Degisken 17, itiraz geg¢irmemis patentlerin veri grubu ise “Degisken 2” olarak

adlandirilmaktadir. Ilk olarak asagidaki hipotez incelenecektir.
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Hy: F25D sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz gegirmemis

patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p2<0)

H, : F25D simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz gegirmemis

patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

Yukarida verilen hipotezler dogrultusunda gerceklestirilen ve homojen olmayan
varyans varsayimiyla yapilan bir test ¢iktis1 Cizelge 5.5°te yer almaktadir. Tek yonlii t
testi yapildigindan dolay1 “t” degerinin “tek yonlii t kritik” degerinden kiiclik oldugu
anlagilmaktadir. Dolayisiyla yokluk hipotezi reddedilmeyerek “F25D sinifinda itiraz
gecirmis patentlerin  ortalama istem sayis1 itiraz ge¢irmemis patentlerin
ortalamasindan daha biiylikk olduguna dair anlamli bir kanit yoktur.” sonucu

cikmaktadir.

Cizelge 5.5 : Buzdolabi kategorisi istem sayisi bagimsiz drneklem t-testi sonuglari

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 13.593 11.375
Varyans 137.265 47.849
Gozlemler 54 1505
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 54
t degeri 1.382
P(T<=t) tek yon 0.086
t kritik tek yon 1.674
P(T<=t) ¢ift yon 0.173

Ikinci olaraksa asagidaki bir diger hipotez incelenecektir.

Hy: F25D simifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayist itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiik degildir. (pq- pp>0)

Hp: F25D simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayis1 itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigtiktiir. (pq- pp<0)

Yukarida verilen hipotezler dogrultusunda gerceklestirilen ve homojen varyans
varsayimiyla yapilan bir test ¢iktis1 Cizelge 5.6’da yer almaktadir. Tek yonlu t testi
yapildigindan dolay1 “t” degerinin “tek yonlii t kritik” degerinin negatifinden kiiciik
oldugu anlasilmaktadir. Dolayistyla yokluk hipotezi reddedilmeyerek “F25D sinifinda

itiraz gec¢irmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz gegirmemis
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patentlerin ortalamasindan daha kii¢iik olduguna dair anlaml1 bir kanit yoktur.” sonucu

cikmaktadir.

Cizelge 5.6 : Buzdolabi kategorisi ilk istem kelime sayisi bagimsiz 6rneklem t-testi
sonugclari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 158.739 175.078
Varyans 6092.299  8381.895
Gozlemler 55 1504
Toplanmig Varyans 8302.487
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df (serbestlik derecesi) 1557
t degeri -1.306
P(T<=t) tek yon 0.095
t kritik tek yon 1.645
P(T<=t) ¢ift yon 0.191
t kritik cift yon 1.961

Asagida bu arastirma kapsaminda kurulan tiim yokluk hipotezleri ve alternatif

hipotezleri 1’den 28’e kadar numaralandirilarak liste halinde gosterilmektedir.

1. Hy: F25D simnifinda itiraz geg¢irmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (- p2<0)

H,: F25D sinifinda itiraz ge¢irmis patentlerin ortalama istem sayisti itiraz gegirmemis

patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- pz>0)

2. Hy: F25D sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama tescile kadar gecen siiresi

itiraz gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytik degildir. (pq- p2<0)

H,: F25D sinifinda itiraz gec¢irmis patentlerin ortalama tescile kadar gegen siiresi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

3. Hp: F25D smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ileri atif sayis1 itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

Hp : F25D smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

4. Hy: F25D smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p<0)
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Hp: F25D smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytiktiir. (pq- py>0)

5. Hy: F25D siifinda itiraz geg¢irmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

Hp: F25D smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

6. Hy: F25D simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt bolim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

H,: F25D sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biytktur. (pq- py>0)

7. Hy: F25D sinifinda itiraz ge¢irmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiik degildir. (pq- p2>0)

H,: F25D simnifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiiktiir. (pq- p<0)

8. Hp: F24C smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p<0)

Hp: F24C smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama istem sayist itiraz gegirmemis

patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- pz>0)

9. Hy: F24C smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama tescile kadar gegen stresi

itiraz gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p2<0)

H,: F24C siifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama tescile kadar gegen siiresi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biytktur. (pq- py>0)

10. Hy: F24C sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytlik degildir. (pq- p2<0)

Hp : F24C smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

11. Hy: F24C smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)
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H,: F24C simifinda itiraz ge¢irmis patentlerin ortalama IPC bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha blydktir. (uq- py>0)

12. Hy: F24C smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt siif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

Hp: F24C sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

13. Hy: F24C sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

H,p: F24C sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

14. Hy: F24C sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayist itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiik degildir. (pq- p2>0)

Hp: F24C sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiiktiir. (pq- p<0)

15. Hy: DO6F smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytik degildir. (pq- pz<0)

H,: DO6F sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz gegirmemis

patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- pz>0)

16. Hy: DO6F sinifinda itiraz ge¢irmis patentlerin ortalama tescile kadar gecen siresi

itiraz gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytik degildir. (pq- p2<0)

H,: DO6F sinifinda itiraz gec¢irmis patentlerin ortalama tescile kadar gegen siiresi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

17. Hy: DO6F smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytlik degildir. (pq- p2<0)

Hyp @ DO6F smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- pp>0)

18. Hy: DO6F simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)
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Hp: DO6F smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytiktiir. (pq- py>0)

19. Hy: DO6F sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (- p2<0)

H,: DO6F siifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

20. Hy: DO6F simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

H,: DO6F sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biyiiktr. (pq- py>0)

21. Hy: DO6F sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi

itiraz gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiiciik degildir. (pq- p2>0)

H,: DO6F sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiiktiir. (pq- p<0)

22. Hy: A47L15 smifinda itiraz geg¢irmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p<0)

Hp @ A47L15 smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama istem sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

23. Hy: A47L15 smifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama tescile kadar gecgen

suresi itiraz ge¢irmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)

Ha: A47L15 smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama tescile kadar gegen siiresi

itiraz gegirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytiktir. (- py>0)

24. Hy: A47L15 sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiytlik degildir. (pq- p2<0)

Hp: A47L15 simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ileri atif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- pp>0)

25. Hy: A47L15 sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama [PC bdliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- pp<0)
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Ha: A47L15 simifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasimdan daha blydktir. (uq- py>0)

26. Hy: A47L15 sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayist1 itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiylik degildir. (pq- pp<0)

Hp: A47L15 sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt sinif sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiiktiir. (pq- py>0)

27. Hy: A47L15 sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama IPC alt bolim sayisi

itiraz gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biiyiik degildir. (pq- p2<0)

Hp: A47L15 smifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama IPC alt boliim sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha biyuktur. (pq- py>0)

28. Hy: A47L15 sinifinda itiraz gecirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi

itiraz gegirmemis patentlerin ortalamasindan daha kii¢iik degildir. (pq- pp>0)

H,: A47L15 sinifinda itiraz gegirmis patentlerin ortalama ilk istem kelime sayisi itiraz

gecirmemis patentlerin ortalamasindan daha kiigiiktiir. (pq- p<0)

EK A boélimiinde tiim hipotezlerin test ciktilar1 varyans homojenligine gore
verilmektedir. Asagida goriilmekte olan Cizelge 5.7’de ise her triin grubu igin yapilan

test sonuglarinin ¢iktilart 6zet olarak verilmektedir. Cizelge igerisindeki numaralar

sonucun ilgili oldugu hipotez numarasini géstermektedir.

Cizelge 5.7 : Hipotezlerin bagimsiz érneklem t- testi anlamlilik 6zeti.

- Tescile ‘ IPC IPC Alt IPCAIt Ik istem
Oriin Grubu Istem Kadar  Tleri Aif  BOlim sinif grup Kelime
Sayis1 Gecen Sayis1 say1si sayisi say1s1
; Sayis1
Sire

Buzdolabt Anlamlt  Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlamli Anlamli  Anlaml

u degil (1) degil (2) degil (3) degil (4) degil (5) degil (6) degil (7)

Firm Anlamlt  Anlamli  Anlamli Agéagrirllh A:iléagrirfll Agéag?llh Anlamli
degil (8) degil (9) (10) (11) (12) (13) (14)

YikavieyKurut Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlamh
yievurutuen 1) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Anlamli

Bulasik Makinesi Anlamli  Anlaml degil Anlamli  Anlamli  Anlamli  Anlaml

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
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Sekil 5.1’de ise test edilen kriterlerin anlamli bulundugu iirtin grubu sayilari
verilmektedir. ilk istem kelime sayis1 hipotezi ii¢ iiriin grubunda anlaml1 bulunurken

diger kriterlere bagli hipotezler iki {iriin grubunda anlamli bulundugu gézlenmektedir.

3
2 2 2 2 2 2 I
0 I I I I I I

istem Tescile  lleri Atif IPC Bolim IPC Alt IPC Alt Ik istem

Uriin Grubu Sayisi
N

[EnY

Sayisi Kadar Sayisi sayisi  sinif sayisi grup sayisi  Kelime
Gegen Sayisi
Sure

Objektif Kriter

Sekil 5.1 : Anlamli bulunan hipotezlere gore kriterler ve {irlin grubu sayisi.

5.8. Tartisma ve Bulgular

Bu calismanin amaci beyaz esya sektorii 6zelinde itiraza ugrayan patentlerin daha
degerli ve kaliteli oldugu varsayimindan hareketle patent kalitesine iligkin birtakim
kriterleri tartisarak bu kriterler ile patent kalitesi arasindaki iliskileri istatiksel olarak
incelemektir. Bu iliskiler tescilli patentler {izerinden tespit edilerek hem i¢ portfoy
yonetim hem de sektdrel bakis agisindan yeni bir i¢gorii olusturma ve literatiire katki
saglama gerceklestirilebilecektir. Bu ¢alismanin aragtirma kisminda 2005-2015 yillar
arasinda beyaz esya sektoriiniin ana iirlin gruplarini i¢eren teknoloji siniflarinda alinan
Avrupa patent tescillerinin bir takim sayisal verileri lizerinden patent kalitesine iliskin
kurulan hipotezlere dair sonuglar elde edilmistir. Eldeki verilerin itiraza ugrayan ve
itiraza ugramayan patentler olarak ayrildig1 ve onceki boliimlerde tartigilan patent
kalite kriterlerinden bir kisminin incelendigi veriler 1s1ginda anlamlilik tablosu
yapilmustir. ilk olarak, buzdolabs {iriin grubunun yer aldig1 teknoloji sinifinda itiraza
ugrayan tescillerin beklenenin aksine teste konu higbir kalite kriteri agisindan anlamli
fark yaratmadig1 sonucu ortaya konmaktadir. Firina ait teknoloji sinifi i¢in de benzer
bir tablo ¢ikarak sadece ileri atif sayist ve ilk istem kelime sayist agisindan beklenen
yénde anlamli bir sonug elde edilmektedir. Ote yandan yikayicy/kurutucunun yer aldigi

teknoloji sinifinda teste tabi tiim kriterler agisindan hipotezleri destekleyecek bigimde
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ciktilar alinmakta ve tim kriterlerde itiraza ugrayan patent tescilleri agisindan
literatiirde yer alan dgretilerle drtiisen anlamli sonuglar ortaya ¢ikmaktadir. Ileri atif
say1st kriteri haricinde bulagik makinesine ait teknoloji sinifinda da benzer bir durum
gorulmekte ve itiraza ugrayan patent tescilleri a¢isindan literatiirde yer alan dgretilerle

ortiisen anlamli sonuglar ortaya ¢ikmaktadir.

Objektif kriterler acisindan bakildiginda ilk istem kelime sayisinin pozitif olarak
ayristigim sdylemek miimkiindiir. Ozellikle buzdolab: kategorisinde hicbir kriterin
anlamli olmadig1 g6z Oniine alinirsa ilk istem kelime sayisinin itiraza ugrayan
patentlerde anlamli bicimde diisiik oldugu tezinin kabul gérmesi ve tiim beyaz esya
ana lirlin gruplarina genellenmesi diisiiniilebilir. Teknoloji sinif genisligi agisindan
IPC bolim, alt simif ve alt grup sayilar1 birbirine benzer anlamlilik davranigi

sergilemekte ve itiraza ugrayan patentler bakimindan bir alt kirinim yaratmamaktadir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diger husus ise itiraz oranlarinin goérece diisiik
goriildiigii buzdolabr (%4.7) ve firin (%3.8) lirlin gruplarina kiyasla ytiksek goriilen
yikayicr/kurutucu (%8.2) ve bulasik makinesi (%12.2) iirlin gruplarinda testlerin ¢ok
daha anlamli sonu¢ vermesidir. Bu da daha oOnceki boliimlerde alti ¢izilen bazi
gerekeelerle acgiklanabilmektedir. Bunlardan ilki tescil/bagvuru orani en diisiik {iriin
grubu olan buzdolabina (%29) iliskin teknoloji sinifinda arastirma kriterlerinin anlamli
fark olusturmayip en yiiksek tescil/bagvuru oranlarina sahip yikayici/kurutucu (%48)
ve bulasik makinesinde (%50) bu kriterlerin genellikle anlamli fark olusturmasidir.
Firm tescil/basvuru orani (%36) da buzdolabina yakin seyrederek bu ¢ikarimla ters
diismemektedir. Burada beyaz esya sektorii igin teknolojik doygunluga eristigi
digtiniilen IPC kodlart igerisinde itiraz oranlarinin da distiigii ve itiraz edilen
patentlerin karakteristik olarak farklilasamadig: iddia edilebilir. ikinci bir gerekge ise
caligmanin itiraz kriteri boliimiinde de vurgulandig: iizere bazi sektorlerde itiraz yolu
yerine karsilikli lisans verme veya anlagsma yoluna gidilmesi sebebiyle itiraz yolu
tercih edilmeyerek itiraz oranlarin diisiik ¢ikmasidir. Buzdolab1 iiriin grubu igin de
boyle bir ihtimalden s6z edilebilir. Gelecekteki aragstirmalarla bu tahminler incelenerek

anlamli olup olmadig: ortaya ¢ikarilabilir.
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6. SONUC VE ONERILER

Gittikce buytyen patent portfoyleriyle birlikte firmalar patentlerini hem nitel hem de
nicel olarak degerleyerek daha etkin portféy yonetimi ve strateji izlemeyi
amaglamaktadir. Ozellikle bir ar-ge ciktis1 kabul edilen patentin teknik niteliklerini
degerleme konusunda pek ¢ok calisma yer alsa da her teknolojik alanin kendi deger
gostergelerine sahip olmasi, ticari sirlarin bilinmezligi ve fikri miilkiyet konularinda
erisilebilen verilerin sinirli kalmasi sebebiyle giivenilir sonuglar alinamamaktadir.
Tabii olarak bu durum nitel degerlemeleri tiim sektorlere uyarlanabilme agisindan
yetersiz kilmaktadir. Patentin ekonomik degerinden daha ¢ok patent kalitesi olarak
adlandirilarak patent belgesinin niteligini degerlemeye ¢alisan ¢alismalarda birgok
gosterge kullanilmakta ve bulusun kalitesi, patent dokiimaninin kalitesi, patent ofisi
islemlerinin kalitesi ve patent sahibinin ticarilestirme kalitesi ayr1 ayri

derecelendirilerek patentin toplam kalitesine ulasilmaya ¢alisilmaktadir.

Literatiirde yer alan ve bu c¢alismanin da iizerine egildigi objektif patent kalite
kriterlerinden istem sayisi, ilk istem kelime sayisi, tescile kadar gecen siire, patent aile
biiyiikligii, patentin yasi, atif sayisi, itiraz durumu, ihlal tespit yontemi ve teknolojik
smif genisligi nedensellik icerisinde tartisilmaktadir. Yani sira, uzman goriisii olarak
addedilen stibjektif kriterlerde ise miisteri degeri, taklit edilebilirlik ve teknoloji
olgunluk seviyesi gibi birtakim kriterler de detayli incelenmektedir. Bu caligma
ozelinde Tirkiye i¢inde patent basvuru ve tescil sayilarinin en yiiksek gortildiigii alan
olmas1 sebebiyle beyaz esya sektorii degerlendirmeye alinarak hem sektoriin
karakteristik Ozellikleri hem de patent baglaminda ayristirici Ozellikleri ortaya
konmaktadir. Tiirkiye’de patent baglaminda yapilan az sayidaki beyaz esya sektorii
caligmalar1 ek olarak incelenmekte ve patent kalitesine dair 6zel bir calismaya

rastlanmamaktadir.

Bu arastirmada hem Tiirkiye’ nin diinyanin en biiyiik ii¢ beyaz esya iireticisi tilkeden
biri olmas1 hem de yapilan beyaz esya ihracatinin dortte {i¢iiniin Avrupa’ya yapilmasi
sebebiyle Avrupa Patent Ofisi ile ilgili 2005-2015 yillar1 aras1 beyaz esya patent tescil

verileri degerlendirmeye alinmaktadir. Bilhassa ana Urlin gruplart olarak gegen
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buzdolabi, yikayici/kurutucu, firin ve bulasik makinesi teknoloji siniflarinda yapilan
degerlendirmeler ile bu lriin gruplarinda patent trendleri ve firmalar arasi1 rekabet
ortaya konmaktadir. Patent kalitesinin somut olarak goriilebilmesi igin en iyi yolun
firmalar aras1 uyusmazlik konular1 olan patent ofisine itiraz, mahkeme yoluyla ihlal
davasi ve firmalar arasi lisans anlagsmalari oldugunun alt1 ¢izilmekte fakat rekabette bu
bilgilerin birgogunun firma ¢ikarlari veya ticari sirlarin fazlaligi sebebiyle gizli kaldigi

ve dolayli olarak verilerin ger¢cek durumu yansitamayabilecegi vurgulanmaktadir.

Aragtirma kisminda ise Onceki boliimlerde de irdelenen beyaz esya sektoriiniin
oligopol piyasa Ozelligi gostermesi ve fikri miilkiyet farkindaliginin yiiksek olmasi
gerekgesiyle bir patentin itiraza ugramis olmasi kalite kriteri olarak kabul edilmektedir.
2005-2015 yillar1 arasinda beyaz esya sektoriiniin ana iiriin gruplarini igeren teknoloji
siiflarinda alinan EPO patent tescilleri kullanilarak bu sayisal veriler izerinden patent
kalitesine iligskin kurulan hipotezler test edilmekte ve yorumlanmaktadir. Tiim {iriin
gruplar i¢in istem sayisi, tescile kadar gegen siire, ileri atif sayisi, [IPC boliim sayist,
IPC alt smif sayisi, IPC alt boliim sayisi itiraz geciren patentlerde gecirmeyenlere
kiyasla daha yiiksek, ilk istem kelime sayisinda ise daha diisiik oldugu varsayimindan
hareketle 28 ayr1 hipotez kurulmaktadir. Itiraza ugrama durumu bagimsiz degisken,
belirlenen patent kalite kriterleri ise bagimli degisken olmak kaydiyla istatistiki bir
modelleme yapilmaktadir. Alinan iirlin grubu verileri homojen varyansa sahip olup
olmamasia gore Levene Testi ile siniflandirilmakta ve birbirinden bagimsiz iki
grubun ortalamalarin1 kiyaslamak i¢in en uygun istatistiki yontem olan bagimsiz
orneklem t-testi uygulanarak hipotezlerin anlamli olup olmadiklarina dair kanit

aranmaktadir.

Testler sonucunda buzdolabi iirlin grubunun yer aldigi teknoloji sinifinda itiraza
ugrayan tescillerin beklenenin aksine teste konu higbir kalite Kriteri agisindan anlamli
fark yaratmadig1 sonucu ortaya konmaktadir. Firina ait teknoloji sinifi i¢in de benzer
bir tablo ¢ikarak sadece ileri atif sayis1 ve ilk istem kelime sayisi agisindan beklenen
yénde anlamli bir sonug elde edilmektedir. Ote yandan yikayic/kurutucunun yer aldig1
teknoloji sinifinda teste tabi tiim kriterler agisindan hipotezleri destekleyecek bigimde
ciktilar alinmakta ve tiim kriterlerde itiraza ugrayan patent tescilleri agisindan
literatiirde yer alan dgretilerle drtiisen anlamli sonuglar ortaya gikmaktadir. ileri atif

say1st kriteri haricinde bulasik makinesine ait teknoloji sinifinda da benzer bir durum
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goriilmekte ve itiraza ugrayan patent tescilleri a¢isindan literatiirde yer alan 6gretilerle

ortiisen anlamli sonuglar ortaya ¢ikmaktadir.

Objektif kriterler agisindan bakildiginda ilk istem kelime sayisinin pozitif olarak
ayristigim sdylemek miimkiindiir. Ozellikle buzdolab: kategorisinde higbir kriterin
anlamli olmadig1 gbéz Oniline alinirsa ilk istem kelime sayisinin itiraza ugrayan
patentlerde anlamli bigimde diisiik oldugu tezinin kabul gormesi ve tiim beyaz esya
ana iiriin gruplarina genellenmesi diisiiniilebilir. {1k istemin daha az kelimeyle yazilmis
olmasinin itiraz ihtimalini anlamli bi¢imde yiikselttigi ¢ikarimi yapilabilir. Teknoloji
siif genisligi agisindan IPC boliim, alt siif ve alt grup sayilari birbirine benzer
anlamlilik davranisi sergilemekte ve itiraza ugrayan patentler bakimindan bir alt

kiriim yaratmamaktadir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diger husus ise ¢alismanin sinirlandirildigr 2005-
2015 arasi periyotta itiraz oranlarinin gorece diisiik goriildiigii buzdolab1 (%4.7) ve
firm (%3.8) iriin gruplarina kiyasla yiiksek goriilen yikayici/kurutucu (%8.2) ve
bulasik makinesi (%12.2) {irlin gruplarinda testlerin ¢ok daha anlamli sonug vermesidir.
Beyaz esya ana iiriin gruplari toplaminda s6z konusu zaman dilimi i¢in %7 itiraz orani
oldugu diistiniildiigiinde bu oranin {iistiine ¢gikanlarda hipotezlerin genellikle anlamli,

altinda kalanlarda ise anlamli olmadig: ¢ikarimi yapilabilmektedir.

Uriin gruplarindaki ayrismaya gerekge olarak daha dnce de istatistiklerle agiklanan iki
durum kaynaklik edebilir. Bunlardan ilki tescil/bagvuru orani en diisiik iirtin grubu olan
buzdolabma (%29) iliskin teknoloji sinifinda aragtirma kriterlerinin anlamli fark
olusturmayip en yiiksek tescil/bagvuru oranlaria sahip yikayicr/kurutucu (%48) ve
bulasik makinesinde (%50) bu kriterlerin ¢ogunlukla anlamli fark olusturmasidir. Firin
tescil/bagvuru orani (%36) da buzdolabinin karakteristigine yakin seyretme ve bu
gOzlemle paralel gitmektedir. Beyaz esya sektorii i¢inde tescil olma oraninin
digiikligiine bagl olarak teknolojik doygunluga eristigi disiiniilen teknoloji
simiflari(IPC) igerisinde itiraz oranlarinin da diistiigli ve itiraz edilen patentlerin
karakteristik olarak farklilasamadigi ileri siiriilebilir. Diger bir gerekge olaraksa
calismanin itiraz durumuna ait literatlir boliimiinde de tartisildigi {lizere bazi is
sahalarinda itiraz yolu yerine karsilikli lisans verme veya anlagsma yoluna gidilmesi
sebebiyle itiraz yolunun tercih edilmemesi ve itiraz oranlari disiik ¢ikmasi
gosterilebilir. Buzdolabi iriin grubu i¢in de bdyle bir ihtimal g0z Onlinde

bulundurulabilir.
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Fikri haklar stratejisi belirleme baglaminda ¢ikarilacak sonuglardan biri 6zellikle
beyaz esya sektoriinde daha az kelimeye sahip ilk istemlerin rekabette somut bir etki
yaratmasidir. Bu nedenle, ilk istem yaziminda sezgisel olarak patent basvuru sahipleri
tarafindan yapilan ve patent kapsamini daraltmayi saglayan daha az kelime
kullaniminin bir strateji olarak uygulanmasi yararli olacaktir. Diger bir deyisle,
buluslan tarif ederken kullanilan yapisal ve fonksiyonel tanimlamalari daha kisa
tutarak yorumlama yoluyla daha da genis koruma saglayacak bicimde bir istem
yaziminin rakiplerin tasarim siirecinde daha fazla kisitlayict oldugu anlasilmaktadir.
Ote yandan yikayicr/kurutucu ve bulasik makinesi kategorilerinde istem sayisi,
teknoloji sinif genisligi, tescile kadar gecen siire gibi parametrelerin yiiksek oldugu
rakip patent tescillerinin izleme altina almmas1 verimli olacaktir. Izlemenin bu
kistaslarla ¢ercevelenmesi sonucu ticari agidan yiksek risk iceren rakip patent
tescillerinin daha dnce tespit edilebilmesi ile hem itiraz yoluna giderek patent
korumasini engelleme hem de alternatif tasarim sec¢eneklerini artirma bakimindan
yarar saglanacaktir. Cok yiiksek sayida yayimlanan patent tescilleri arasinda soz
konusu kriterlerin isaret ettigi belgelere yonelik alternatif tasarimlarin belirlenmesi
Ozellikle iretimde yasanabilecek fikri mulkiyet engellerinin daha erkenden asilmasi
bakimindan avantaj saglayacaktir. Dolayisiyla, 6ngorii giicii artirilmis ve proaktif bir
fikri haklar politikasinin dogal bir sonucu olarak ihlal tazminatlar1 veya lisans bedelleri
O0demekten kaginma sansi oldukca artacaktir. Dahasi, itiraz ve tescil oraninin
ortalamanin iistiinde oldugu tiim tiriin gruplari i¢in s6z konusu patent kalite kriterlerini
daha fazla agirliklandirma ile hem rekabetteki hem i¢ yonetimdeki kaliteli patentleri
tespit etmenin daha mumkdn hale gelmesi fark yaratacaktir. Cok sayida patente sahip
olduk¢a biiylik portfoylerin i¢inden kaliteli patentleri ayirt ederken tek tek
degerlendirmek gibi karmasik ve uzun bir islem yerine izlemelerin s6z konusu
kriterlerin slizgecinden gegirilip daha az sayida patent tesciline indirilmesi kayda deger
bir isgiicii tasarrufu saglayacaktir. Kuclk ev aletleri ve elektrikli ev aletleri igin de ayn1
diisiince yolunun izlenmesi tercih edilmelidir. Uriin gruplarmin ve Kkalite
parametrelerinin kendine 6zgl farklar yarattigi ve genellemeci bir bakis acisinin

kullanilamayacagi acikca gorulmektedir.

Bir diger ¢ikarilacak sonug ise {iriin gruplar1 bazinda yasanan kayda deger test sonucu
farkliliklar1 gerek dayanikli tiiketim mallari icerisindeki elektrikli ev aletleri ve kiigiik

ev aletleri gerek diger teknolojik alanlari i¢in iirlin bazinda inceleme yapmanin
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onemini bir kez daha kanitlamaktadir. Her {irtine bagl teknoloji siniflarinin farkh

karakteristik gosterdigi diisiincesi bu ¢alismayla da kismen desteklenmektedir.

Dabhasi, her bir kriterin etki biiyiikliiginii 6lgmek adina istatistikte Cohen-d testi ve
Hedge’s g testi olarak gecen etki biiytlikliigii testleri yapilarak her iiriin grubu 6zelinde

kiigiik, orta veya biiyiik etki gibi siniflandirmalar olusturmak da mimkindr.

Ek olarak, ileride yapilacak ¢alismalarda itiraz gegirmis patent tescillerine
hiklmsiizliik veya tecaviiz davasina ugramislar da ilave edilerek uyusmazliga konu
rekabette etkili patentleri tespit etmek agisindan daha giivenilir bir veri seti
olusturulabilir. Cizelge 6.1’de beyaz esya sektorii i¢in degerli goriilen kriterler(K)
Ozelinde daha genisletilmis bir bagimsiz 6rneklem test caligmasi yiiriitiilebilir ve
patentlerin ¢ok boyutlu yapisinin anlagilmasi adina daha kapsayict bir sonug elde
edilebilir. Burada incelenen kriterlere ilaveten beyaz esya sektoriinde marka
bagimliligiin yiiksek oldugu tespitinden hareketle miisteri degeri ve rakip firmalar
Uzerinde yaptirim giiciinii artirmak adina ihlal tespit yontemi her patentin ilk istemi

incelenerek derecelendirilebilir ve ¢aligmaya eklenebilir.

Cizelge 6.1 : Beyaz Esya Patent Kalitesi Kriter Onerisi

Kriter Kriter (K) Degerlendirilme Sekli Agirliklandirma(A)
Cesidi
Objektif | Istem Sayisi(K1) Uriin gruplarina gore Al
pozitif etki
Objektif | ik Istem Kelime Uriin gruplaria gore A2
Sayis1 (K2) negatif etki
Objektif Tescile kadar Uriin gruplarina gore A3
Gecen Sire(K?3) pozitif etki
Objektif Ileri Atif Uriin gruplarma gore A4
Sayis1(K4) pozitif etki
Objektif Ihlal Tespit Tespit yonteminin A5
Y ontemi(K5) zorluguyla negatif etki
Objektif Teknoloji Stif Uriin gruplarma gore A6
Genisligi(K6) pozitif etki
Sibjektif Miisteri Miisteri nezdinde tasidig1 A7
Degeri(K7) pazarlama degeriyle pozitif
etki

Yukarida yer alan tabloda agirliklandirma(A) yapabilmek ve hangi kriterin patentin
itiraza ugramasi ve dolayl olarak patent kalitesi Uzerinde ne kadar etkili oldugunu
anlayabilmek i¢in bu arastirma i¢inde bagimli degisken olarak kullanilan kriterlerin
bagimsiz degisken oldugu, bagimsiz degisken olarak kullanilan itiraza ugrama

kriterinin ise bagimli degisken oldugu bir lojistik regresyon modeli kurulabilir. Bu
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sayede hangi kriterin anlamli oldugu tespitinin 6tesinde ne kadar anlamli olduguna

iliskin bu istatistiksel model yoluyla bir sonug ortaya konulabilir.

Son olarak galismanin diger bir kazanimi fikri miilkiyet farkindaliginin yiiksek oldugu
ve patent itiraz oranlariin yiiksek seyrettigi teknoloji alanlarinda benzer ¢alismalarla
portfoy degerleme calismalar1 yapilabilecegi ve bu sayede tiim sektorler i¢in bir

kriterler biitlinii olusturulabilecegi de sdylenebilir.
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EKLER

EK A: Hipotezlerin bagimsiz 6rneklem t-testi sonuglari
EK B: IPScore sorular1
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EKA
Cizelge A.1: 4. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 1.653 1.769
Varyans 0.662 0.626
Gozlemler 52 1501
Toplanmig Varyans 0.627
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 1551
t degeri -1.035
P(T<=t) tek yon 0.150
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.301
t kritik cift yon 1.961

Cizelge A.2: 3. hipotez test sonuglari.

Degigsken 1 Degisken 2

Ortalama 0.556 0.328
Varyans 2.063 3.002
Gozlemler 54 1507
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 59
t degeri 1.133
P(T<=t) tek yon 0.131
t kritik tek yon 1.671
P(T<=t) ¢ift yon 0.262
t kritik ¢ift yon 2.001

Cizelge A.3: 5. hipotez test sonuglari.

Degigsken 1 Degisken 2

Ortalama 2.480 2.453
Varyans 2.332 1.844
Gozlemler 52 1501
Toplanmig Varyans 1.860
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 1551
t degeri 0.144
P(T<=t) tek yon 0.442
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.885
t kritik cift yon 1.961
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Cizelge A.4: 6. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 4.154 3.936
Varyans 8.093 6.851
Gozlemler 52 1501
Toplanmis Varyans 6.892
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 1551
t degeri 0.5863
P(T<=t) tek yon 0.278
t kritik tek yon 1.645
P(T<=t) ¢ift yon 0.557
t kritik cift yon 1.961

Cizelge A.5: 2. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 5.500 5.297
Varyans 8.142 5.721
Gozlemler 54 1507
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 56
t degeri 0.517
P(T<=t) tek yon 0.303
t kritik tek yon 1.673
P(T<=t) ¢ift yon 0.607
t kritik cift yon 2.003

Cizelge A.6: 22. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 12.667 11.221
Varyans 66.336 40.914
GoOzlemler 144 1236
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 164
t degeri 2.058
P(T<=t) tek yon 0.021
t kritik tek yon 1.654
P(T<=t) ¢ift yon 0.041
t kritik cift yon 1.975
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Cizelge A.7: 25. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 1.764 1.639
Varyans 0.867 0.713
Gozlemler 144 1234
Toplanmis Varyans 0.729
Hipotetik Ortalama Fark1 0.000
df(serbestlik derecesi) 1376
t degeri 1.667
P(T<=t) tek yon 0.048
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.096

Cizelge A.8: 26. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 1.951 1.764
Varyans 1.403 1.098
Gozlemler 144 1239
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 170

t degeri 1.822

P(T<=t) tek yon 0.035

t kritik tek yon 1.654

P(T<=t) ¢ift yon 0.070

t kritik cift yon 1.974

Cizelge A.9: 24. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 0.618 0.436
Varyans 2.308 1.540
Gozlemler 144 1239
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 166

t degeri 1.387

P(T<=t) tek yon 0.084

t kritik tek yon 1.654

P(T<=t) ¢ift yon 0.167

t kritik cift yon 1.974
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Cizelge A.10: 23. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 5.111 4.728

Varyans 4,953 5.425

Gozlemler 144 1234
Toplanmis Varyans 5.376

Hipotetik Ortalama Fark1 0.000
df(serbestlik derecesi) 1376.000

t degeri 1.878
P(T<=t) tek yon 0.030
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.061
t kritik cift yon 1.962

Cizelge A.11: 27. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 3.826 2.474
Varyans 21.655 4,153
Gozlemler 144 1239
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 149

t degeri 3.450

P(T<=t) tek yon 0.000

t kritik tek yon 1.655

P(T<=t) ¢ift yon 0.001

t kritik cift yon 1.976

Cizelge A.12: 28. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 146.729 166.591
Varyans 5806.677  6380.907
Gozlemler 144 1234

Toplanmig Varyans 6321.231
Hipotetik Ortalama Fark1 0.000
df(serbestlik derecesi) 1376.000

t degeri -2.837
P(T<=t) tek yon 0.002
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.005
t kritik cift yon 1.962

147



Cizelge A.13: 15. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 13.731 11.424
Varyans 62.198 38.331
Gozlemler 197 2802
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 213
t degeri 4.020
P(T<=t) tek yon 0.000
t kritik tek yon 1.652
P(T<=t) ¢ift yon 0.000
t kritik cift yon 1.971

Cizelge A.14: 17. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 0.863 0.387
Varyans 9.058 2.398
Gozlemler 197 2807
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 203

t degeri 2.201

P(T<=t) tek yon 0.014

t kritik tek yon 1.652

P(T<=t) ¢ift yon 0.029

t kritik ¢ift yon 1.972

Cizelge A.15: 18. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 1.563 1.446
Varyans 0.737 0.562
Gozlemler 197 2807
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 217

t degeri 1.870

P(T<=t) tek yon 0.031

t kritik tek yon 1.652

P(T<=t) ¢ift yon 0.063

t kritik cift yon 1.971
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Cizelge A.16: 20. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 2.975 2.666
Varyans 5.484 7.496
Gozlemler 197 2807
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 235

t degeri 1.766

P(T<=t) tek yon 0.039

t kritik tek yon 1.651

P(T<=t) ¢ift yon 0.079

t kritik cift yon 1.970

Cizelge A.17: 21. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 147.553 174.153
Varyans 4501.203  7044.260
Gozlemler 197 2807
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 241
t degeri -5.282
P(T<=t) tek yon 0.000
t kritik tek yon 1.651
P(T<=t) ¢ift yon 0.000
t kritik ¢ift yon 1.970

Cizelge A.18: 16. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 4.792 4.424
Varyans 3.962 4.183
Gozlemler 197 2807
Toplanmig Varyans 4.169
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 3002
t degeri 2.445
P(T<=t) tek yon 0.007
t kritik tek yon 1.645
P(T<=t) ¢ift yon 0.015
t kritik cift yon 1.961
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Cizelge A.19: 19. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 1.680 1.548
Varyans 1.178 1.038
Gozlemler 197 2807
Toplanmis Varyans 1.047
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 3002
t degeri 1.758
P(T<=t) tek yon 0.039
t kritik tek yon 1.645
P(T<=t) ¢ift yon 0.079
t kritik ¢ift yon 1.961

Cizelge A.20: 8. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 12.889 11.444
Varyans 69.403 45.716
Gozlemler 90 1243
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 98
t degeri 1.607
P(T<=t) tek yon 0.056
t kritik tek yon 1.661
P(T<=t) ¢ift yon 0.111
t kritik cift yon 1.984

Cizelge A.21: 10. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 0.678 0.277
Varyans 2.805 0.998
Gozlemler 90 1248
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 94
t degeri 2.240
P(T<=t) tek yon 0.014
t kritik tek yon 1.661
P(T<=t) ¢ift yon 0.027
t kritik cift yon 1.986
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Cizelge A.22: 13. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 2.933 3.090
Varyans 3.591 4,933
Gozlemler 90 1248
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 107

t degeri -0.747

P(T<=t) tek yon 0.228

t kritik tek yon 1.659

P(T<=t) ¢ift yon 0.457

t kritik cift yon 1.982

Cizelge A.23: 14. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 152.911 178.248
Varyans 3642.384  8442.243
Gozlemler 90 1248
Hipotetik Ortalama Farki 0
df(serbestlik derecesi) 121
t degeri -3.687
P(T<=t) tek yon 0.000
t kritik tek yon 1.658
P(T<=t) ¢ift yon 0.000
t kritik cift yon 1.980

Cizelge A.24: 9. hipotez test sonuglart.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 5.033 5.343
Varyans 6.302 5.727
Gozlemler 90 1248
Toplanmig Varyans 5.765
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 1336
t degeri 1.181
P(T<=t) tek yon 0.119
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.238
t kritik cift yon 1.962
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Cizelge A.25: 11. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2
Ortalama 1.678 1.769
Varyans 0.558 0.616

Gozlemler 90 1248
Toplanmis Varyans 0.612
Hipotetik Ortalama Fark1 0

df(serbestlik derecesi) 1336
t degeri -1.071

P(T<=t) tek yon 0.142

t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.284

t kritik ¢ift yon 1.962

Cizelge A.26: 12. hipotez test sonuglari.

Degisken 1 Degisken 2

Ortalama 2.000 2.092
Varyans 1.169 1.192
Gozlemler 90 1248
Toplanmis Varyans 1.190
Hipotetik Ortalama Fark1 0
df(serbestlik derecesi) 1336
t degeri -0.774
P(T<=t) tek yon 0.220
t kritik tek yon 1.646
P(T<=t) ¢ift yon 0.439
t kritik ¢ift yon 1.962
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EK B

HUKUKIi DURUM
Al.Patentin yasal durumu hangi asamadadir?
1: Heniiz patent bagvurusu yapilmadi.
2: Patent basgvurusu dosyalandi.
3: Yenilik ve patentlenebilirlik arastirmasi tamamlandi.
4: Patent verildi.

5: Itiraz siiresi doldu.

A2.Patentin yasal durumunun gicu nedir?

1: Yenilik arastirmast yapilmada.

2: Hizli ve temel patent arastirmasi yapildi.

3: Ulusal patent ofisi tarafindan yenilik ve benzeri arastirma yapildi.
4: Uluslararas1 patent aragtirmasi yapildi.

5: Yenilik ve ihlal arastirmasi yapildi.

A3. Patentin kalan gegerlilik suresi nedir?
1: Patentin kalan 6mri 0-2 y1l arasindadir.
2: Patentin kalan 6mri 2-4 yil arasindadir.
3: Patentin kalan 0mrii 4-8 y1l arasindadir.
4: Patentin kalan 6mri 8-12 yil arasindadir.

5: Patentin kalan 6mrii 12 y1ldan fazladir.

A4. Patent istemleri ne kadar genis kapsamlidir?

1: Istemler ¢ok dar ve sinirli koruma kapsamina sahip.
2: Istemler oldukca dar.

3: Istemler gdrece genis.

4: Istemler oldukca kapsayici.

5: Istemler genel bir ilkeyi icermektedir.

AS. Patentin cografi kapsamu, ilgili pazarlari i¢eriyor mu?
1: Patent korumasi sadece tek bir ulusal pazarda gecerli.

2: Pazar tegkil eden birkag iilkede patent korumasi mevcut.
3: Pazar teskil eden ¢ogu iilkede patent korumasi mevcut.

4: Mevcut tiim pazarlarda patent korumasi var.
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5: Tiim mevcut ve potansiyel pazarlarda patent korumasi var.

AG. Patent, rakip ihlal tespitlerine kars1 izleniyor mu?

1: Rakip ihlal tespitlerine kars1 izleme yapilmiyor.

2: Satis temsilcilerinden gelen raporlar yoluyla rastgele izleme yapiliyor.

3: Segilen rakip drunlerinin bir dereceye kadar sistematik izlenmesi yapiliyor.
4: Pazarin sistematik olarak izlenmesi yapiliyor.

5: Kresel izleme yapiliyor.

A7. Anlagsmazliklar ve yasal islemler s6z konusu piyasada sik karsilasilan bir durum
mudur?

1: Yasal islemler sik karsilagilmaktadir.
2: Yasal islemler bulunmakta.

3: Anlasmazliklar sik karsilagilmaktadir.
4: Anlasmazliklar bulunmakta.

5: Anlagmazliklar ve yasal islemlerle sik karsilagiilmamaktadir.

AS8. Sirket patent haklarin1 uygulayacak giice ve araglara sahip midir?

1: Genel olarak patentten dogan haklar1 uygulama ¢ok pahali ve zordur.
2: Patentten dogan haklar segili ilke ve marketlerde uygulanabilmektedir.
3: Patentten dogan haklar secili rakiplere kars1 uygulanabilmektedir.

4: Patentten dogan haklar ¢ok pahali degilse neredeyse bitiin durumlarda
uygulanmaktadir.

5: Patentten dogan haklar her durumda uygulanmaktadir.

TEKNOLOJI
B1. Bulus benzersiz bir teknoloji mi?
1: Bulus mevcut teknoloji ile ilgili olarak sira dis1 etkiye sahiptir.
2: Bulus mevcut teknoloji ile ilgili olarak bazi gelistirici etkiye sahiptir.
3: Bulus mevcut teknoloji ile ilgili olarak gelistirici etkiye sahiptir.
4: Bulusun 6nemli bir gelistirici etkisi vardir ve bulus acike¢a ¢igir agmustir.

5: Bulus sanayinin kaderini degistirebilir.
B2. Bulus, benzer iiriinlerden teknolojik agidan tistiin mudiir?

1: Teknoloji yeni, benzer ve Ustiin teknolojilerin bulundugu bir alana aittir.

2: Benzer teknolojiler oldukca genis bir alan1 kaplamaktadir.
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3: Benzer teknoloji var olmakla birlikte kullanim alani oldukga dardir.
4: Benzer teknoloji var olmakla hentiz rekabet glicti yoktur.
5: Bilinen benzer teknoloji bulunmamaktadir.

B3. Bulus ne derecede test edilmistir?

1: Bulus hesaplara gore teoride test edilmistir.
2: Bazi testler yapilmustir.

3: Uretim testi tamamlanmustir.

4: Deneme tiretimi tamamlanmistir.

5: Tam Olgekli iiretimle test edilmistir.

B4. Patentli teknoloji yeni yetenek, nitelik veya tiretim ekipmanlar1 gerektirmekte
midir?

1: Patent tamamen yeni bir tretim prosesi gerektirmektedir.

2: Patentin kullanilmasindan 6nce 6nemli derecede iiretim prosesi gelistirmeleri
gereklidir.

3: Patentin kullanilmasindan 6nce 6nemli bazi iiretim prosesi gelistirmeleri
gereklidir.

4: Patentin kullanilmasindan 6nce 6nemli az miktarda {iretim prosesi gelistirmeleri
gereklidir.

5: Patent mevcut Uretim teknolojisi ile kullanilabilir.

B5. Patentli teknolojinin ticarilesmesi i¢in ne kadar zaman gereklidir?
1: Ticarilesmesine 5 yil var.

2: 2yl

3: 1yl

4:6 ay

5: Ticarilesmeye hazir.

B6. Ihlal eden taklit {iriinlerin iiretilmesi kolay ni?

1: Teknoloji kolayca tanimlanabilir, taklidi ve iiretimi kolaydir.

2: Teknolojinin taklidi ve tretimi kolaydir.

3: Teknoloji nispeten kolayca tanimlanabilir, taklidi ve tiretimi kolaydir.
4: Teknoloji karmasiktir, taklidi ve tiretimi zordur.

5: Teknoloji karmasiktir, taklidi ve tiretimi gok zordur.
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B7. Ihlal eden iiriinlerin tespiti kolay midir?

1: Ihlal eden taklit Giriinlerin tespiti cok zordur.

2: ihlal eden taklit iiriinlerin tespiti zordur, ancak imkansiz degildir.
3: Thlal eden taklit iiriinlerin tespiti nispeten kolaydir.

4: fhlal eden taklit iiriinlerin tespiti kolaydur.

5: Thlal eden taklit iiriinlerin tespiti ¢ok kolaydir.

B8. Teknolojinin uygulanmasi bagka bir lisans anlagmasina bagli midir?

1: Patentin kullanimi rakiplerle kapsamli lisans anlagmalarina baghdir.

2: Patentin kullanimi rakiplerle bazi lisans anlagmalarina baglidir.

3: Patentin kullanimi rakiplerle herhangi bir lisans anlagsmasina bagli degildir.
4: Patentin kullanimi rakiplerle yapilmayan lisans anlagmalarina baglidir.

5: Patent lisans anlagmasina bagli olmadan kullanilabilir.

B9. Teknolojinin pazar degeri (miisteri degeri) var midir?

1: Patent, ifade edilmesi ¢ok gii¢ olan bir iirlin yararlilik degeri iyilestirmesi
saglamaktadir.

2: Patent, ifade edilmesi gii¢ olan bir {iriin yararlilik degeri iyilestirmesi
saglamaktadir.

3: Patent, ifade edilebilir bir tirlin yararlilik degeri iyilestirmesi saglamaktadir.

4: Patent, ifade edilmesi gii¢ olan bir {irlin yararlilik degeri iyilestirmesi
saglamaktadir.

5: Patent, lirlinlin pazarlamasi i¢in kullanilabilecek ayirt edici 6zellikler
saglamaktadir.

PIYASA KOSULLARI
C1. Pazarlama secenekleri nelerdir?
1: Patentli teknoloji i¢in bir pazar bulunmamaktadir.
2: Patentli teknoloji i¢in heniiz bir market hedef se¢ilmemistir.
3: Patentli teknoloji icin iyi-bilinen bir market bulunmaktadir.
4: Patentli teknoloji igin iyi-bilinen ve iyi tanimlanmis bir market bulunmaktadir.

5: Patentli teknoloji icin iyi-bilinen, belirgin ve somut bir market bulunmaktadir.
C2. Patentli teknoloji kullanilacagi is alanindaki pazar bilylime orani nedir?

1: Cok diisiik (0.5%)
2: Diisiik (2.5%)
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3: Orta (5%)
4: Yiksek (8%)
5: Cok Yiksek (15%)

C3. Patentli teknolojinin pazardaki tahmini 6mrii ne kadardir?
1: 0.5 Yil

2:1 Y1l

3:2Y1

4:4 Y1l

5:8Yil

C4. Rekabetci veya alternatif Grlnler piyasada aktif durumda midir?

1: Rekabetci veya alternatif Grtinler piyasada ylksek derecede aktiftir
2: Rekabetci veya alternatif iiriinlerin gelistirilmesi muhtemeldir.

3: Rekabetci veya alternatif tiriinlerin gelistirilmesi ihtimali %50°dir.
4: Piyasada miinhasirlik ytiksek bir olasiliktir.

5: Piyasada miinhasirlik biiytik ihtimalle kesindir.

C5. Bilinen mevcut drlinler ile karsilastirildiginda miisteri tirtin i¢in ne kadar yiiksek
O0demeye razi olacaktir?

1: Rakibin fiyatindan olduk¢a diisiiktiir.
2: Rakibin fiyatindan diistiktir.

3: Rakibin fiyatina esittir.

4: Rakibin fiyatindan ytiksektir.

5: Rakibin fiyatindan oldukga diistiktiir.

C6. Patentli teknoloji kullanilirken is alan1 i¢inde elde edilecek potansiyel ekstra ciro
nedir?

1: Cok diistik (0,5%)
2: Diisiik (2%)

3: Orta (4%)

4: Yiksek (6%)

5: Cok yuksek (10%)

C7.Sirketin uygulama potansiyeli ve ticari firsatlar konusundan bilgisi nedir?

1: Sirketin bilgisi sadece sinirli uygulama potansiyeline imkan saglamaktadir.
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2: Sirket uygulama potansiyeli ve ticari firsatlar konusunda sinirl bilgisi
bulunmaktadir.

3: Sirket uygulama potansiyeline sahip ama ticari firsatlar konusunda bilgisi
siirhidir.

4: Sirket uygulama potansiyeline ve ticari firsatlar konusunda bilgiye sahiptir.

5: Sirket uygulama potansiyeline ve ticari firsatlar konusunda tam bilgi ve yetkinlige
sahiptir.

C8. Patentli teknoloji lisans anlagmalari ile potansiyel gelir ihtimali icermekte midir?
1: Lisans anlagmast ile gelir yaratma ihtimali bulunmamaktadir.

2: Lisans anlagmasi ile gelir yaratma ihtimali diisiik seviyededir.

3: Lisans anlagmasi ile gelir yaratma ihtimali/beklentisi iyi seviyededir.

4: Lisans anlagmasi ile gelir yaratma ihtimali/beklentisi ¢ok iyi seviyededir.

5: Lisans anlagmasi ile gelir yaratma ihtimali/beklentisi son derece iyi seviyededir.

C9. Ticari faaliyetler 6zel izin veya lisansa tabii midir?
1: izin / lisans gereklidir. Kamu otoritelerinden ret alinmustr.

2: Izin / lisans igin otoritelere basvuru yapilmamis veya basvuru yapilmis ve sonug
olarak bolgesel gecici ret alinmas.

3: zin / lisans igin otoritelere basvuru yapilmis ama heniiz yanit alinmamus.
4: Kamu otoritelerince kisitl siire igin gegerli izin / lisans verilmistir.

5: Kamu otoritelerince 6mir boyu sureli izin / lisans veya Urunii pazara stirmek igin
izin / lisans gerekmemektedir.

FINANS

D1. Ilgili pazarda mevcut isi ¢iktis1 patentli teknoloji kullanilmadan devam
ettirilebilir mi?

1: 100 % - patentli teknoloji olmadan is ¢iktisinin tamami devam ettirilebilir.
2:75%

3:50 %

4:25%

5:0%

D2. Gerekli gelecek gelistirme masraflart nelerdir?
1: Asin yiiksek yatirim (Cironun %30°u)

2: Cok yuksek % 15

3: Yiksek % 8
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4: Orta% 2,5
5:Az%0,5

D3. Patentli teknolojinin uygulanmasi igin liretim masrafi endeksi nedir?
1: Patentli teknolojiye bagli olarak % 30 artmaktadir.

2: Patentli teknolojiye bagli olarak % 15 artmaktadir.

3: Artig veya azalma olmamaktadir.

4: Patentli teknolojiye bagli olarak % 15 azalmaktadir.

5: Patentli teknolojiye bagl olarak % 30 azalmaktadir.

D4. Uretim ekipmanlari igin gerekli yatirim ne kadardir?
1: Mevcut yatirnm yogunlugunun % 120’si.

2: Mevecut yatirim yogunlugunun % 110’u.

3: Mevcut yatirim yogunlugu % 100.

4: Mevcut yatirim yogunlugunun % 70’1.

5: Mevcut yatirim yogunlugunun % 50’si.

D5. Firmanin ilgili pazarda patent yenileme iicretlerini karsilayabilecek finansal giicii
var m1?

1: 1 ulke

2: 2 -5 ulke

3:5-10 tlke

4:10 - 15 ulke

5: 15 ulkeden fazla / mevcut veya potansiyel biittin Glkeler

D6. Patentli teknolojinin sirket karina katkis1 nedir?
1: Birikmis karin %3’iinden daha az.

2: Birikmis karin %3 ila %10’u kadar.

3: Birikmis karin %10 ila %15°1 kadar.

4: Birikmis karin %15 ila %25°1 kadar.

5: Birikmis karin %25’inden fazla.

IS STRATEJILERI
E1. Patentin amac iirliniin mevcut pazarlardaki yerini korumak midir?
1: Hayir.
2: Kugik bir dereceye kadar.
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3: Bir dereceye kadar.
4: Blyuk oranda.
5: Cok buyuk oranda.

E2. Patentin amac1 yeni pazarlar edinmek midir?
1: Hayir.

2: Klgik bir dereceye kadar.

3: Bir dereceye kadar.

4: Buyuk oranda.

5: Cok buyuk oranda.

E3. Patent bir imaj yaratma siirecinin pargast midir?
1: Hayir.

2: Klgik bir dereceye kadar.

3: Bir dereceye kadar.

4: Blyuk oranda.

5: Cok buyuk oranda.

E4. Patentin amaci, hareket 6zglirliigii alan1 yaratarak, firmanin gelistirme ve iiretim
faaliyetlerinde yer saglamak midir?

1: Hayar.

2: Kugik bir dereceye kadar.
3: Bir dereceye kadar.

4: Blyuk oranda.

5: Cok buyuk oranda.

ES. Patentin amaci rakip firmalarin hareketlerini kisitlamak midir?
1: Hayrr.

2: Kuguk bir dereceye kadar.

3: Bir dereceye kadar.

4. Blylk oranda.

5: Cok buyuk oranda.

E6. Firma patenti lisans veya satis anlagmalarinda kullanmakta midir?
1: Hayir.
2: Kugik bir dereceye kadar.
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3: Bir dereceye kadar.
4: Blyuk oranda.
5: Cok buyuk oranda.

E7. Patent firmanin ana teknolojilerinin bir pargasini m1 teskil ediyor?
1: Hayir.

2: Kucik bir dereceye kadar.

3: Bir dereceye kadar.

4: Buyuk oranda.

5: Cok buyuk oranda.

E8. Patent ile firmanin is stratejisi paralellik gostermekte midir?
1: Hayir.

2: Kuguk bir dereceye kadar.

3: Bir dereceye kadar.

4: Blyuk oranda.

5: Cok buyuk oranda.
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